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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CISPR 15
Edition 9.0 2018-05

LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT
OF RADIO DISTURBANCE CHARACTERISTICS OF
ELECTRICAL LIGHTING AND SIMILAR EQUIPMENT

INTERPRETATION SHEET 1

This interpretation sheet has been prepared by subcommittee CISPR F: Interference relat|ng to
hous¢hold appliances tools, lighting equipment and simitar/apparatus, of IEC technical
comnpittee CISPR: International special committee on radierinterference.

The text of this interpretation sheet is based on the following documents:

DISH Report on voting
CIS/F/777/DISH CIS/F/790/RVDISH

Full information on the voting for the approval of this interpretation sheet can be found in the
report on voting indicated in the abovetable.

CISPR 15 interpretation sheet on the worst-case mode of operation

Introduction

Subclause 7.5 specifies the operating modes of lighting equipment that must be considered
during an emission test. A few examples are given to support the explanation of what ‘different
operating modes’ means. The list of examples is of course not exhaustive. Apparently, the
example of ‘colour shifting’ is not clear enough and it is sometimes interpreted as if any possible
colour and/or correlated colour temperature (CCT) setting that lighting equipment may produce
shall be assessed during measurements. Many types of LED lighting may be set in many
different colours and CCTs. Compared to other operational-mode related influence quantities
such as light level regulation, flashing or radio communication, the risk of not capturing the
maximum level of electromagnetic (EM) disturbances due to different colour or CCT settings is
very small, provided that all channels of a LED driver used to change colour or CCT are
operative. The ‘colour shifting’-example was meant for example for a mode where the light
output continuously switches from one colour to another with a certain repetition frequency (e.g.
applied for entertainment, events etc.), instead of emitting a single stable colour and/or CCT.

ICS 33.100.10
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Question

What is the meaning of example ‘colour shifting’ as mode of operation to be considered during
testing? What colour and/or colour temperature should be selected in case lighting equipment
can be set in a wide range of colours and/or CCTs?

Interpretation

The example ‘colour shifting’ in the first paragraph of 7.5 of CISPR 15:2018 must not be

interpreted as if any possible colour and/or CCT setting that lighting equipment may produce
shall be assessed during measurements

Gengdlrally, according to 7.5 the worst case shall be found by prescanning every\mofle of
opergtion over at least one repetition interval of the specific mode.

Alterpatively, measurements can be performed using the setting(s) that are expected to prqduce
the hlghest amplitude emissions relative to the limit; and, the reasons for-the selection shgll be
givenlin the test report.

A realson could be that highest level of electromagnetic (EM) disturbanhces will be captured if all
channels of a LED driver used to create different colours andfor CCTs are operative| The
number of channels applied depends on the LED-driver/LEB/light-source architecture. Qften,
maximum EM disturbances can be achieved by selecting awhite colour and/or a CCT segtting
in thg middle of the specified CCT range.

EXAMPLE Colour variation and CCT variation may be achieved using“a 5-channel LED driver powering three LED str|ngs for
colour {RGB) setting and two cool white and warm white LED strings-for CCT setting. Hence, in case the lighting equipmer]t under
test is ¢apable to operate at different colours and/or CCTs, a white‘eolour and/or a single CCT in the middle of the specifigd CCT

range rhay be selected .

1 7.4 of CISPR 15:2018, also still applies.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT OF
RADIO DISTURBANCE CHARACTERISTICS OF
ELECTRICAL LIGHTING AND SIMILAR EQUIPMENT

FOREWORD

e International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization com
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC~is to p
brnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and_electronic fie
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Téchnical Specific

the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental an
ernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates

eement between the two organizations.

e formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an intern
sensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation fr]
brested IEC National Committees.

L Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC N
Immittees in that sense. While all reasonable efforts are“made to ensure that the technical content
blications is accurate, |IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or f
interpretation by any end user.

order to promote international uniformity, IEC_National Committees undertake to apply IEC Publig
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relating to household appliances tools, lighting equipment and similar apparatus, of IEC
technical committee CISPR: International special committee on radio interference.

This ninth edition cancels and replaces the eighth edition published in 2013 and its
Amendment 1:2015. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous

edition:

a) full editorial revision and restructuring;

b) the restriction to mains and battery operation is deleted in the scope;

c) radiated disturbance limits in the frequency range 300 MHz to 1 GHz have

in

troduced;

been
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d) the load terminals limits and the CDNE (alternative to radiated emissions) limits have
changed,;

e) deletion of the insertion-loss requirements and the associated Annex A;

f) introduction of three basic ports: wired network ports, local wired ports and the enclosure
port;

g) introduction of a more technology-independent approach;

h) replacement of Annex B (CDNE) by appropriate references to CISPR 16-series of
standards;

i) modified requirements for the metal holes of the conical housing;

j) new conducted disturbance measurement method for GU10 self-ballasted lamp;

k) addition of current probe measurement method and limits for various types aof\ports (in
adldition to voltage limits and measurement methods);

[) introduction of the term ‘module’ (instead of independent auxiliary) and requirements for
mieasurement of modules using a host (reference) system;

m) miodified specifications for stabilization times of EUTs;

n) fgr large EUT (> 1,6 m), addition of the magnetic field measurement/method using a §0 cm
loop antenna at 3 m distance (method from CISPR 14-1) as an-alternative to the 3 m and
4 [m LAS.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS Report*on voting
CIS/F/733/FDIS CIS/F/736/RVD

Full ipformation on the voting for the approval\of this International Standard can be found in
the rgport on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accerdance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The gommittee has decided thatithe contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the I{EC website under "http://webstore.iec.ch" in the data relafed to
the specific document. At this-date, the document will be
e reconfirmed,

e wjithdrawn,

o rgplaced by ‘arevised edition, or

e amended.

The gontents of the interpretation sheet of November 2019 have been included in this co;ry.

IMPORTANT - The 'colour inside’ logo on the cover page of this publication indicates
that it contains colours which are considered to be useful for the correct
understanding of its contents. Users should therefore print this document using a
colour printer.
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LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT OF
RADIO DISTURBANCE CHARACTERISTICS OF
ELECTRICAL LIGHTING AND SIMILAR EQUIPMENT

1 Scope

This
distu

— the lighting part of multi-function equipment where this lighting part is a primary functi

N

— U)M and IR radiation equipment for residential and non-industrial applications;

- a
N
- d

- €

Exclyded from the scope of this document are:

- C
u

N
- i

-V

— inistallations;

- €

N

ghting equipment (3.3.16);

(1979) of the ITU Radio Regulatign);

rgnge are explicithy)formulated in other CISPR standards, even if they incorporate a
in lighting function.

document applies to the emission (radiated and conducted) of radiofrequency

bances from:

DTE 1 Examples are lighting equipment with visible-light communication, entertainment-ighting.

gvertising signs;
DTE 2 Examples are neon tube advertising signs.
Lcorative lighting;

ergency signs.

omponents or modules intended to be builtiinto lighting equipment and which ar
ser-replaceable;

DTE 3 See CISPR 30 (all parts) for built-in controlgear.
ghting equipment operating in the(lSM frequency bands (as defined in Resolutidg

¢
ideo signs;

gquipment for which-the electromagnetic compatibility requirements in the radio-frequ

DTE 4 Examples of exclusions are:
equipmrent with built-in lighting devices for display back lighting, scale illumination and signaling;

SSL-displays;

D

e not

n 63

hting equipment for aircraftand airfield facilities (runways, service facilities, platforms);

ency
built-

range hoods. refrigerators, freezers:

photocopiers, projectors;

lighting equipment for road vehicles (in scope of CISPR 12).

The frequency range covered is 9 kHz to 400 GHz. No measurements need to be performed
at frequencies where no limits are specified in this document.

Multi-function equipment which is subjected simultaneously to different clauses of this
document and/or other standards need to meet the provisions of each clause/standard with

ther

elevant functions in operation.

For equipment outside the scope of this document and which includes lighting as a secondary
function, there is no need to separately assess the lighting function against this document,
provided that the lighting function was operative during the assessment in accordance with
the applicable standard.
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NOTE 5 Examples of equipment with a secondary lighting function can be range hoods, fans, refrigerators,
freezers, ovens and TV with ambient lighting.

The radiated emission requirements in this document are not intended to be applicable to the
intentional transmissions from a radio transmitter as defined by the ITU, nor to any spurious
emissions related to these intentional transmissions.

Within the remainder of this document, wherever the term "lighting equipment" or "EUT" is
used, it is meant to be the electrical lighting and similar equipment falling in the scope of this
document as specified in this clause.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or)all of|their
contgnt constitutes requirements of this document. For dated references, only-‘the eflition
cited|applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (inclpuding
any gmendments) applies.

IEC 60038, IEC standard voltages

IEC 40050-161, International Electrotechnical Vocabulary.{ (IEV) — Chapter | 161:
Electfomagnetic compatibility

IEC §0050-845:1987, International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 845: Lighting

IEC §0061-1, Lamp caps and holders together with gauges for the contrgl of
interghangeability and safety — Part 1: Lamp caps

IEC §0081, Double-capped fluorescent lamps’— Performance specifications

IEC §0598-1:2014, Luminaires — Part 1~ General requirements and tests
IEC §0598-1:2014/AMD1:2017

IEC §0921, Ballasts for tubularfluorescent lamps — Performance requirements

IEC §1000-4-20:2010: .‘Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-20: Testing| and
meagurement techniques — Emission and immunity testing in transverse electromagnetic
(TEM) waveguides

IEC 91195, Double-capped fluorescent lamps — Safety specifications

IEC §2504:2014, General lighting — Light emitting diode (LED) products and rglated

equipment — Terms and definitions

CISPR 16-1-1:2015, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring
apparatus

CISPR 16-1-2:2014, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Coupling
devices for conducted disturbance measurements

CISPR 16-1-4:2010, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Antennas
and test sites for radiated disturbance measurements

CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012

CISPR 16-1-4:2010/AMD2:2017


https://standardsiso.com/api/?name=35d24fbee616a3315a417347a006c2d1

CISPR 15:2018 © IEC 2018 -1 -

CISPR 16-2-1:2014, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity — Conducted
disturbance measurements

CISPR 16-2-1:2014/AMD1:2017

CISPR 16-2-3:2016, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity — Radiated
disturbance measurements

CISPR 16-4-2:2011, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling — Measurement
instrymentation uncertainty

CISPR 16-4-2:2011/AMD1:2014

CISPR TR 30-1:2012, Test method on electromagnetic emissions — Part 1: Elgctronic control
gear for single- and double-capped fluorescent lamps

CISPR 32:2015, Electromagnetic compatibility of multimedia equipment — Emission
requitements

ISO/IEC 17025:20051, General requirements for the competencCe of testing and calibration
laborgtories

3 Terms, definitions and abbreviated terms

3.1 General

For fhe purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-161,
IEC 42504, IEC 60050-845 and the following apply.

ISO gnd IEC maintain terminological databases for use in standardization at the follpwing
addrgsses:
e |HC Electropedia: available.at http://www.electropedia.org/

e |40 Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp
3.2 | General terms”and definitions

3.21
base|of the luminaire
mourting surface of the luminaire in normal use, usually the side opposite of the optical
window

3.2.2
clock frequency

fundamental frequency of any signal used in the EUT excluding those generated inside an
integrated circuit (IC) and which are solely used inside the same IC without being accessible
outside that IC, and excluding those used exclusively for radio transmission or radio receiving
functions

Note 1 to entry: High frequencies are often generated inside integrated circuits (IC) by phase-locked-loop (PLL)
circuits from lower clock oscillator frequencies outside the IC.

1 This edition was replaced by ISO/IEC 17025:2017 but the listed edition applies.
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3.2.3

ELV

extra-low voltage

voltage which does not exceed 50 V AC or 120 V ripple free DC between conductors or
between any conductor and earth (voltage band 1 of IEC 60449) applied to load interfaces
supplying power to lighting equipment, excluding interfaces used for communication or data
transfer

Note 1 to entry: Ripple free is conventionally defined for sinusoidal ripple voltage as ripple content of not more
than 10 % RMS: the maximum peak value does not exceed 140 V for a nominal 120 V ripple-free DC system.

[SOURCE: IEC 61347-1:2015 + AMD1:2017, 3.27, modified — The definition has been
rephriased.]

3.2.4
indu¢tive power transfer
procgss of inductive transfer of electrical energy over time from a source to a separatel load
when| these are placed in physical (but not electrical) contact or in close{proximity with|each
other

EXAMPLE: Examples are rechargeable luminaires incorporating inductive power~transfer or electrodeless|lamps
with inductive power transfer.

Note 1) to entry: If in addition a radio technology, as defined by the ITW,)is”used or superimposed to the[power
transfgr function of inductive power transfer equipment for the purpose'of data communication then the appjicable
standgrds for this radio technology apply.

Note 2 to entry: Any propagation of electromagnetic energy outside of the system of inductive power sour¢e and
load if seen as electromagnetic disturbance and therefore subject'to assessment by this standard.

3.2.5
optical window
side ¢f the lighting equipment from which thelight emanates

3.2.6
primary function
function of an equipment which-is-defined as such by the manufacturer

3.2.7
secopdary function
any flunction of an equipment not being essential for fulfilling the primary function, defing¢d by
the nmanufacturer

3.2.8
test arrangement
specificarrangement of the EUT, cabling and auxiliary equipment during the test

3.3 Terms and definitions related to equipment

3.3.1
advertising sign
unit which makes use of lighting for advertising, traffic signage, road signs or alike

3.3.2

ancillary equipment

transducers (e.g. current and voltage probes and artificial networks) and other equipment
(e.g. cables, preamplifier, attenuators, filters, adapters) connected to a measuring receiver or
to the EUT and used in the disturbance signal transfer between the EUT and the measuring
receiver

Note 1 to entry: Within CISPR publications various different definitions are given for associated, auxiliary and
ancillary equipment. The definitions given in this document are based on CISPR 16-2-3. See also 3.3.3 and 3.3.4.
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Note 2 to entry: See also Figure 2.

[SOURCE: CISPR 16-2-3:2016, 3.1.2, modified — Examples in the definition and Notes to
entry have been added.]

3.3.3

associated equipment

AE

apparatus, that is not part of the system under test, but needed to help exercise the EUT

EXAMPLE: Equipment to generate lighting control signals.

Note 1) to entry: See also Figure 2.

[SOURCE: CISPR 16-2-3:2016, 3.1.5, modified — The example and Note 1 to entry,have|been
added.]

3.3.4
auxiljary equipment
AuxHq
peripheral equipment that is part of the system under test

EXAMPLE: In CISPR TR 30-1 or CISPR TR 30-2, the reference luminaire, i case a ballast or driver is tested.

Note 1| to entry: See also Figure 2.

[SOURCE: CISPR 16-2-3:2016; 3.1.6, modified — Thezexample and the Note to entry|have
been|added.]

3.3.5
controlgear
electrical device between the supply and one or more light source(s) which may serye to
transform the supply voltage, limit thefcurrent of the light source(s) to the required value,
provige starting voltage and preheating current, prevent cold starting, correct power factor,
reduge radio interference, include means for dimming, and further control functions

Note 1) to entry: This definition deviates from IEC 60598-1.

[SOURCE: IEC 62504:2014/ 3.6.1, modified — The abbreviation ‘LED’ in the term is removed
and Jarious modifications’in the definition.]

3.3.6
decorative lighting
equigment that“emits light for atmospheric, artistic or ambiance purposes

3.3.7
double-capped tamp adapter
component designed to be installed into luminaires which are constructed for lamps of one
tube diameter (according IEC 60081 and IEC 61195) and one specific tube length for the
purpose of allowing them to receive lamps of another tube diameter or another tube length
instead

Note 1 to entry: A lamp adapter may incorporate a switch or a fuse or an electronic lamp controlgear for HF lamp
operation.

3.3.8

double-capped self-ballasted lamp

unit which cannot be dismantled without being permanently damaged, provided with one or
more light sources and two lamp caps and any additional elements necessary for starting and
stable operation of the light source
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Note 1 to entry: See Notes 1 and 2 to entry given in 3.3.21.

3.3.9

double-capped semi-luminaire

unit similar to a self-ballasted lamp but designed to utilize a replaceable light source and/or
starting device

Note 1 to entry: Semi-luminaires for compact fluorescent lamps and for incandescent lamps, sometimes called
adapters, are devices equipped, on the one side, with an IEC 60061-1 standardized lamp cap to allow mounting in
a standard lampholder and, on the other side, with a lampholder to allow the insertion of a replaceable light source.

Note 2 to entry: The light source component and/or starting device of a semi luminaire is readily replaceable.

Note 3 to entry: For gas-discharge technologies, the ballast component is not replaceable and is not dispgsed of
each tme a light source is replaced.

3.3.1p
doublle-capped retrofit lamp
tubular lamp applying a technology alternative to fluorescent technology @hd which can be
used|as a replacement for double-capped fluorescent lamps without réquiring any infernal
modification in the luminaire and which, after installation, maintains the-same level of gafety
of thg replaced lamp in the luminaire

Note 1| to entry: The replacement of a glow starter according to IEC 60155-with LED replacement starter having
the same dimensions and fit, for the correct functioning of the double-capped LED lamp is not considerefl as a
modifi¢cation to the luminaire.

3.3.111
electrodeless lamp
gas discharge lamp in which the power required to generate light is transferred from oytside
the Igmp envelope to the gas inside via an electric-or magnetic field

3.3.1p
equipment-under-test
EUT
equigment in the scope of this document subjected to EMC (emission) compliance (confgrmity
assegsment) tests

EXAMPLE: The EUT may be a luminaire including lamp(s), a self-ballasted lamp, a rope light or a module.

Note 1| to entry: See also Figure 2.

[SOURCE: CISPR 16;2-3:2016, 3.1.14, modified — Definition is modified and the exampl¢ and
Note [2 to entry havebeen added.]

3.3.18
lamp
unit dontaining one or more light sources and one or two standardised caps for interfacing

3.3.14
LED light source
device containing an LED or collection of LEDs used for the purpose of illumination

3.3.15
light source
device emitting light produced by a transformation of electrical energy

Note 1 to entry: Lighting equipment emits light in the range from visible wavelength 400 nm to 780 nm.

[SOURCE: IEC 60050-845:1987, 845-07-01, modified — The definition has been rephrased
and the Note to entry has been added.]
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3.3.16

lighting equipment

device which can be used as an independent unit to illuminate a scene, objects or their
surroundings so that they can be seen, and modules designed to be used in or with such
device or assembly of devices

Note 1 to entry: Examples of lighting equipment are luminaires, self-ballasted lamps, ELV-lamps and modules
which are used for general purpose lighting, street/flood lighting intended for outdoor use, lighting installed in or on
transport vehicles and which is not in the scope of CISPR 12.

[SOURCE: IEC 60050-845:1987, 845-09-01, modified — The definition has been rephrased.]

3.31

luminaire
lighting equipment which distributes, filters or transforms the light transmitted from ohe or
more|lamps or light sources and which includes all the parts necessary for supporting, fixing
and protecting the lamps, but not usually the lamps themselves, and, where_ necessary, gircuit
auxiliaries, together with the means to connect them to the supply, the driver, control pnits,
cablipg, housing and mounting are included

Note 1| to entry: This definition comes from the definition given in the luminaire preduct standard IEC 60598-1. In
the lafter standard a luminaire does not include a lamp, unless the lamp is an integral part. For the purppse of
emissipn testing in this document however, a luminaire always contains a lamp_@r a light source or resistive Ipad.

[SOURCE: IEC 60598-1:2014, 1.2.1, modified — The definition has been rephrased.]

3.3.18
module
electronic or electrical part which serves a specific function or functions of a lighting
appli¢ation and may contain radio-frequency seurces, which is intended for application in a
luminfaire or in an installation by an end user and which is intended to be marketed and/or
sold geparately from a lighting apparatus _or'system

Note 1| to entry: Examples are: self-ballasted lamp, starter, controlgear, wall dimmer, control unit, LED modile.

3.3.1p
passjve EUT
equigment which, by its inherent nature and physical characteristics such as absenfe of
active¢ and fast variatiop ‘or switching of currents or voltages, is incapable of generating or
contr|buting to electromagnetic emissions which exceed a level allowing radio receptipn to
happen as intended

Note 1| to entry: A passive EUT is not likely to produce any electromagnetic disturbances. See 6.2.

Note 2 to eniry:  Mains rectifier diodes and an electronic starter that is only active during the starting phase is
considered{to/be a passive component.

3.3.2
restricted ELV lamp

ELV lamp with specific restrictions on the type of power supply and/or the cable length that
can be applied to it, as provided or specified by the manufacturer

Note 1 to entry: ELV lamps without detailed description of restrictions are non-restricted.

3.3.21

self-ballasted lamp

self-contained unit incorporating a light source and any additional elements that may be
necessary for starting and ensuring a stable operation of the light source which cannot be
dismantled without being permanently damaged and which is connected to a lamp holder or
luminaire via one or two IEC 60061-1 standardized lamp caps

Note 1 to entry: The light source component of a self-ballasted lamp is not replaceable.
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Note 2 to entry: For gas-discharge technologies, the ballast component is part of the self-ballasted lamp; it is not
part of the luminaire.

Note 3 to entry: The term “self-ballasted lamp” is used as a general term for designating all lamps that can
operate independent of other external accessories or auxiliary equipment, except for a lampholder. This includes
gas-discharge technologies as well as LED and OLED technologies.

[SOURCE: IEC 60598-1:2014, 1.2.59, modified — The definition has been rephrased, Notes 2
and 3 to entry have been modified and Note 4 to entry has been deleted.]

3.3.22

semi luminaire
device{sometimescalled-adap — e-one-sider\ 3 dardised,lamp
cap system to allow mounting in a standard lampholder and, on the other side,Qwlith a
lampholder to allow the insertion of a replaceable light source with a cap

3.3.28
UV and IR radiation equipment
optical radiation equipment operating at a wavelength between 780 nm.% 1 mm or 1 nm to
400 nm

EXAMPLE: Examples are appliances used for medical and cosmetic care, and fof instant zone heating.

[SOURCE: IEC 60050-731:1991 + AMD1:2016, 731-01-05 and 731-01-06, modified 4 The
definitions have been combined.]

3.4 | Terms and definitions related to interfaces and ports

3.41
AC e|ectric power supply interface
conngction point to an external AC electrical supply network

3.4.2
communication/data/network interface
point|of connection for data and signalling transfers intended to interconnect widely dispgrsed
systems via such means as direeticonnection to multi-user telecommunications networks| (e.g.
local farea networks like Ethernet, token ring, etc.)

3.4.3
control interface
point{at which a candUctor or cable is attached to the lighting equipment for the purpgse of
contrplling the function of the equipment

3.4.4
DC electric power supply interface
conngction point to an external DC electrical supply network

3.4.5

electric power supply interface

connection point at which a conductor or cable carrying the primary electrical power needed
for the operation (functioning) of the lighting equipment is connected, and through which also
conducted electromagnetic disturbance may couple to the electromagnetic environment

Note 1 to entry: It is possible to connect cables to such an interface for transmission of electric power from DC
and/or AC mains power distribution systems which has a topology such that an electromagnetic disturbance easily
couples to the electromagnetic environment.

3.4.6

enclosure port

artificial non-intentional wireless interface of the lighting equipment through which
electromagnetic disturbances can radiate into the environment
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to entry: Based on IEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010, 3.1.2.

to entry: The artificial interface can consist of for instance seams and apertures in the physical metallic
enclosure, but also limited lengths of each of its wired interfaces. In the frequency range above 30 MHz typically
one third of a wavelength of the length of the wired interfaces can contribute to radiated disturbances. Therefore,
also included are wired interfaces to auxiliary equipment which are intended to be connected with cables of less

m length.

rical interface

connection point of equipment at which a conductor or cable is attached for various purposes

such

as powering, control or communication

EXAM

3.4.8
funct
termi
funct

3.4.9
load
conng

PLES: See Figure 3.

ional earth
hal of equipment intended for connection to an external grounding“conductd
onal and/or electromagnetic compatibility purposes

interface
pction point of the lighting equipment providing electrical energy to another itg

lighting equipment

3.4.1
local
interf|
a net

D
wired port

hce of the lighting equipment which directly connéects to cables that are not connect
work and have a length greater than or equal to*3 m, or that are indirectly connecte

network via auxiliary equipment

EXAM
conne
(«<3m

Note 1

3.41
netw
elect
trans

PLE: Examples are, the electrical power supply interface of ELV lamp, an interface of a dri
ting a long (> 3 m) load cable with a lightlsource, a control interface of a sensor for connecting 2
control cable with an AC mains-fed luminaife. See Annex D for examples.

to entry: Such a port can emit electromagnetic disturbances.

(
prk

ical installation consisting of equipment and interconnecting cables or wiring fo
mission and distribUtion of electrical power, electrical signal for data transmissi

communication or alike

3.41
port
partig
elect

r for

m of

ed to
i to a

er for
short

r the
bn or

ular vcategory of an interface of an EUT which provides a coupling pat

that g

ategory

h for

omagnetic disturbances from the EUT into the electromagnetic environment speciilic for

Note 1

to entry: See Figure 1.
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Enclosure port

Wired network ports —— EUT Local wired ports

IEC

NOTE The enclosure port may include other wired interfaces, with lengths less than 3 m (see 3.4.6).

Eigure 1 — EMC-ports of an EUT

3.4.18
protgctive earth

equigment terminal intended for connection to an external conductor for protection against

electtical shock in case of a fault

3.4.14
wired network port
wired interface of the lighting equipment which connects to cableshat are directly conn

ected

to a petwork and through which conducted electromagnetic distirbances may be coupled to

that network

3.5 | Abbreviated terms

AAN artificial asymmetrical network

AC alternating current

AE associated equipment

AMN artificial mains network

AuxEq auxiliary equipment

CDNE Coupling Decoupling Network Emission
CISPR Comité International-Spécial des Perturbations Radioélectriques
CM common mode

CP current probe

CVH capacitive,voltage probe

dB decibel

DC dirgct current

DALY Digital Addressable Lighting Interface

DM differential mode

E earthrtermmmat

ELV extra-low voltage

EMC electromagnetic compatibility

EUT equipment under test

FAR fully anechoic room

FE functional earth

GHz gigahertz

GU10 glass U-shaped housing and cap of a multifaceted reflector (MR) light bulb
Hz hertz

IEC International Electrotechnical Commission

IEV International Electrotechnical Vocabulary
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IR infrared

ISM industrial, scientific and medical
ISN impedance stabilization network
ITE information technology equipment
ITU International Telecommunication Union
kHz kilohertz

L line

LAN local area network

LED light emitting diode

LLAB large loop antenna system

MH2 megahertz

MA microampere

uF microfarad

VAY microvolt

N neutral

N.A not applicable

nF nanofarad

OATS open area test site

OLHD organic light emitting diode

PE protective earth

PWM pulse width modulation

RF radio frequency

RGR reference-ground plane

SA(Q semi anechoic chamber

SSU solid state lighting

TEM transverse electromagnetic

TR technical repont

uv ultraviolet
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Test/measurement equipment
Measurement receiver of
disturbance signals Boundary of the measurement or
test environment (either

conducted or radiated)

2018

\

\

Equipment under test

1
Ancillary equipment (transducer | Test facility
to measure, couple or decouple i Site or chamber which creates a
a disturbance) | specified measurement or test

i I conditions or environment (forl

Ass9C|ated @ 1 either conducted or radiated test)
equipment !
(to exercise EUT) System under test i
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associated equipment w.r.t. EUT and the test/measurement environment
(definitions given in CISPR\16-2-3)

imits

General

equirements for an EUT are given,in this clause on the basis of three possible

EUT is specified in Clauses5'and in Clause 6.

tors (see the spegification of the CISPR receiver in CISPR 16-1-1). If the appli

over a specifie\ffequency range are specified for both quasi-peak and av
tors, provided the disturbance levels of the EUT are measured using the quasi
tor, and arefound to meet the average limits, then, the EUT shall be deemed to
imits and-the measurement with the average detector need not to be carried out fo
ency rahge.

In ca

e-different methods with associated limits can be applied, the test report shall

Auxiliary.equipment
AE EUT || AuxEq e—— ' (to create-Ahost system and/or
L representdtive test environment
\ AUXEQ /:( of the EUT)

Figure 2 — Generic depiction of the definitions of tests,"ancillary-, auxiliary- and

EC

EMC

that can apply to each of the EUT interfaces: enclosure port, wired network port, and
wired port. The port classification and the application of limit for each possible intdrface

rbance limits are specified for specific types of detectors, i.e. quasi-peak or avérage

cable
brage
peak
meet
r that

state

hi o o o Linaid o
whicrh—rethot—anaCcorresSponaingTHittS—wereusSear:

NOTE The limits in this document have been determined on a probabilistic basis. In exceptional cases, additional

provisi

4.2

ons are required.

Frequency ranges

In 4.3, 4.4 and 4.5, limits and measurement methods for radio disturbance characteristics are
given as a function of frequency range. No measurements need to be performed at
frequencies where no limits are specified.
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4.3 Limits and methods for the assessment of wired network ports
4.3.1 Electric power supply interface

The limits and measurement method for the assessment of conducted disturbance voltages at
the AC or DC electric power supply interface terminals for the frequency range 9 kHz to
30 MHz are given in Table 1.

Table 1 — Disturbance voltage limits at the electric power supply interface

Frequency range Limits 2 Method
dB(uV)
Quasi-peak Average

9 KHz to 50 kHz 110 -

50lkHz  to 150 kHz 90 to 80P - CIPR 16-2-1 bnd
150 kHz to 0,5 MHz 66 to 56° 56 to 46° 8.3
0,4MHz to 5,0 MHz 56° 46°

5 NHz to 30 MHz 60 50

a8 At the transition frequency, the lower limit applies.

b The limit decreases linearly with the logarithm of the frequency in the ranges 50 kHz to 150 kHz and 150 kHz
tq 0,5 MHz.

¢ Fpr lighting equipment incorporating exclusively electrodelesst¢lamps, the limit in the frequency range of
2|2 MHz to 3,0 MHz is 73 dB(nV) quasi-peak and 63 dB(uV) average.

4.3.2 Wired network interfaces other thanpower supply

The ILmits and measurement methods for, the assessment of conducted disturbance volfages
at wired network interfaces other than-power supply for the frequency range 150 kHz to
30 MHz are given in Table 2 and Table3.

Either of the methods and thefassociated limits from Table 2 or Table 3 can be applied to
demdgnstrate compliance.

Table2= Disturbance voltage limits at wired network
interfaces other than power supply

Frequency range Limits Method
(MHz) dB(nV)
Quasi-peak Average
0,150 0,50 84 to 74 74 to 64 CISPR 16-2-1 and 8|4
('\’Rﬂ {1030 74 B84

NOTE 1 The limits decrease linearly with the logarithm of the frequency in the range 0,15 MHz to 0,5 MHz.

NOTE 2 The disturbance voltage limits are derived for use with an artificial asymmetrical network (AAN) which
presents a common mode (asymmetric mode) impedance of 150 Q to the measured interface.
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Table 3 — Disturbance current limits at wired network
interfaces other than power supply
Frequency range Limits Method
(MHz) dB(pA)
Quasi-peak Average
0,15 to 0,50 40 to 30 30 to 20 CISPR 16-2-1 and 8.4
0,50 to 30 30 20
NOTE 1 The limits decrease linearly with the logarithm of the frequency in the range 0,15 MHz to 0,5 MHz.
NOTp2—Fhedisturbance——currenttimits—are—derivedforuse-of-a—commonmede—(asymmetre-modempedance
of 150 Q. Hence the conversion factor applied is 20 log(150) = 44 dBQ.
4.4 | Limits and methods for the assessment of local wired ports
This standard differentiates between two categories of “local wired port”. . These are:
a) EDT interface that indirectly connects to a network, via auxiliary equipment (this incjudes

b) E

For these two sub-categories of “local wired port”, as\listed above, limits for cond

distu

The ljmits and measurement methods for the assessment of conducted disturbance vol
of logal wired ports for the frequency range 9\kHz to 30 MHz are given in Table 1, Ta
Tablg 5 and Table 6.

The |

given| in Table 1 and Table 4, for restricted and non-restricted ELV lamps, respectively

addit

the electrical power supply interface of ELV lamps);

bances are prescribed in this subclause.

mits and methods applicable to-the’electrical power supply interfaces of ELV lamp

onal requirements for the test method in 6.4.7.

Tlable 4 — Disturbance voltage limits of local wired ports: electrical power supplly

interface of non-restricted ELV lamps

T interface that does not connect to a network, directly,or.indirectly, and which can be
connected to cables having a length equal to or greater than’3 m.

icted

ages
ble 4,

s are
with

Frequency range Limits 2¢4d Method
dB(nV)
Quasi-peak Average

9 KHz to, 50 kHz 136 -

50[kHz.\ to 150 kHz 116 to 106" - CISPR 16-2-1land
150KAZ 00,5 MHZ 9210 82" 8210 72" A5

0,5 MHz to 5,0 MHz 82 72

5 MHz to 30 MHz 86 76

At the transition frequency, the lower limit applies.

The limit decreases linearly with the logarithm of the frequency in the ranges 50 kHz to 150 kHz and 150 kHz
to 0,5 MHz.

¢ The limits in this table apply if no 26 dB attenuator is applied (see Figure A.3).

Disturbance voltage limits for restricted ELV lamps are given in Table 1 (see 6.4.7).

The limits and methods given in Table 5 or Table 6 shall be applied to local wired ports other
than electrical power supply interfaces of ELV lamps.
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Table 5 — Disturbance voltage limits at local wired ports: local wired ports
other than electrical power supply interface of ELV lamp

Frequency range Limits Method
MHz dB(nV)?
Quasi-peak Average CISPR 16-2-1 (voltage
0,15 to 0,50 80 70 probe method)
See 8.5.2.2
0,50 to 30 74 64

a

At the transition frequency, the lower limit applies.

Table 6 — Disturbance current limits at local wired ports: local wired ports
other than electrical power supply interface of ELV lamp

Frequency range Limits Method
MHz dB(pA)
Quasi-peak Average
CISPR 16-2-1
0,15 to 0,50 40 to 30 30to 20 See 8523
0,50 to 30 30 20

NOT

NOT

F 1 The limits decrease linearly with the logarithm of the frequency in.the range 0,15 MHz to 0,5 MHz

F 2 The current disturbance limits are derived for use of a common mode (asymmetric mode) impedance
of 150 Q, and the conversion factor applied is 20 log(150) = 44 dBQx

4.5
4.51

This
frequ

4.5.2

Radiated-field disturbance- limits in the frequency range of 9 kHz to 30 MHz are giv
Tablg 8 and Table 9.

The limits in Table 8/ are expressed in terms of a current measured in a large loop-an
system (LLAS) as‘specified in CISPR 16-1-4. This current is a measure for the magnetia

level

is givlen for<three different sizes of large loop antenna systems in the frequency range

to 30

Limits and methods for the assessment of the enclosure port
General

subclause gives radiated disturbance limits for the enclosure port as a functi
ency range.

Frequency range 9 kHz'to 30 MHz

around the 'EUT. This limit, applicable for the quasi-peak detector of the CISPR rec

MHz.

bn of

en in

enna
field
piver,
D kHz

The range of maximum dimensions of the EUT for each of the three loop-antenna diameters is
given in Table 7.

For EUT dimensions larger than 1,6 m, the limits given in Table 9 associated with the
magnetic field loop antenna measurement method specified in 9.3.3 can be applied.

The limits in Table 8 and Table 9 provide different options. In any situation where it is
necessary to verify the original measurement results, the measuring method originally chosen
shall be used in order to ensure consistency of the results. The test report shall state which
method was used and which limits were applied.
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Table 7 — Maximum EUT dimension that can be used
for testing using LLAS with different diameters

Maximum dimension of the EUT, D

Loop antenna diameter

m m
D<1,6 2
D<26 3
D<3,6 4

Tabte—8—=+HAS Hated-di | brrits—mthe—F 9-icH 36z

Frequency range Quasi-peak limits for three loop diameters Method
dB(pA)
2m 3m 4m
9kHz to 70kHz 88 81 75
CISPR 1642-3
a a a
70 kHz to 150 kHz 88 to 58 81 to 51 75 to 45 and 9.3.p
130 kHz to 3,0 MHz 58 to 228° 51to 158° 45¢t0'99
3,p MHz to 30 MHz 22 15 to 16° 9to 12°¢

ecreasing linearly with the logarithm of the frequency.

rfcreasing linearly with the logarithm of the frequency.

D
Fpr lighting equipment incorporating exclusively electrodeless lamps, the limit in the frequency ran
2|2 MHz to 3,0 MHz is 58 dB(pA) for 2 m, 51 dB(pA) for 3 m andi45dB(unA) for 4 m loop diameter.

je of

453

Radi3
to 1 (

Tablg

be us

was used and which li

Tgble 9 — Loop antenna radiated disturbance limits in the frequency range 9 kHz

mits were applied.

Frequency range 30 MHz to 1 GHz

ted-field disturbance limits and measurement methods in the frequency range of 30
EHZz are given in Table 10 in terms\of quasi-peak values of the electric field componént.

10 provides different options, In any situation where it is necessary to verify the or
meagurement results, the measuring method and measuring distance originally chosen
ed in order to ensure consistency of the results. The test report shall state which m

30 MHz for equipment with a dimension > 1,6 m

MHz

ginal
shall
bthod

Frequency range Limits at 3 m distance Method
MHz Quasi-peak
dB(nA/m)
0,009 to 0,070 69
0,070 to 0,150 69 to 39°
9.3.3
0,150 to 4,0 39t032P
4,0 to 30 3

b

For lighting equipment incorporating exclusively electrodeless lamps, the limit in the frequency range of

2,2 MHz to 3,0 MHz is

Decreasing linearly with logarithm of frequency.

39 dB(pA/m).



https://standardsiso.com/api/?name=35d24fbee616a3315a417347a006c2d1

CISPR 15:2018 © IEC 2018 - 25—

Table 10 — Radiated disturbance limits and associated measurement methods
in the frequency range 30 MHz to 1 GHz

Testing method @ Reference ¢ Frequency range Quasi-peak limits ¢
MHz
OATS or SAC CISPR 16-2-3 30 to 230 30 dB(pV/m)
at 10 m distance 230 to 1 000 37 dB(pV/m)
OATS or SAC CISPR 16-2-3 30 to 230 40 dB(pV/m)
at 3 m distance 230 to 1 000 47 dB(pV/m)
FAR StSPR+6=2-3 36-t0236 42-t0-35-5-dBtyV/m)
at 3 m distance 230 to 1 000 42 dB(u\/m)
TEM-waveguide ° IEC 61000-4-20 30 to 230 300dB(uV/m)
230 to 1 000 37 dB(pV/m)
CDNE method ¢ f CISPR 16-2-1 30 to 100 64 to 54 © dB(uV)
100 to 200 54 dB(pV
200 to 300 54 to 51 ¢ dB{pV)

a8 Ay of the methods and the associated limits can be applied to demonstrate éompliance.

b The TEM-waveguide is limited to EUTs without cables attached and with “a“maximum size according to .2 of
IHC 61000-4-20:2010 (the largest dimension of the enclosure at J1"GHz measuring frequency i one
wavelength, 300 mm at 1 GHz).

¢ The CDNE method and the associated limits up to 300 MHz\can be only applied for EUTs with |clock
frequencies below or equal to 30 MHz. In such a case, the product is deemed to comply with the requirements
bg¢tween 300 MHz and 1 000 MHz. The CDNE-limits betweem\200 MHz and 300 MHz specified in Table 10 are
mpre stringent than the limits given in CISPR 15:2013. An increasing margin (up to 10 dB at 300 MH3Z) has
bgen applied between 200 MHz and 300 MHz. If thec,€EDNE test fails, then any of the other method$ and
agsociated limits can still be applied 2.

d Al the transition frequency, the lower limit applies!
€  The limit decreases linearly with the logarithm of the frequency.

he EUT size limitation of CISPR 16-2-1 does not apply. For the CDNE method, the largest dimensions pf the
UT are 3m x1m x1m (/ xwx h). The CDNE restrictions apply to the EUT only, and not the wiring pr the
qtal dimension of the system under test, see Figure 2.

9 See also 9.3.4.

m -

—

5

>

\pplication of-the limits

5.1 General

The applicability of limits for EUTs is given in Clause 5. Additional guidelines/requiremenits for
the applicability of the limits to specific kinds of EUTs are given in Clause 6. See Figure 4.

The general operational conditions for the EUT are given in Clause 7. The measurement
methods for conducted and radiated disturbances are specified in Clause 8 and Clause 9.

5.2 Identification of the interfaces subject to test

If the EUT does not fall in one of the categories specified in Clause 6, then the applicable test
cases for the various EUT interfaces shall be derived as follows.

First, the EMC-relevant physical properties of the EUT and its wired interfaces are to be
determined; see Figure 3 for guidance. For each wired interface in turn a decision is then
made as to whether it is connected to a network in a direct way, indirect way or not at all.
Once the types of interface and possible connections are known, each interface is allocated to
one of the three possible standardised EMC ports as detailed below:
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e enclosure port;

e wired network port;

e local wired port.

The applicable test method, associated test arrangement and limits shall then be selected for

each interface in turn, depending upon its port classification and, as per the requirements in
5.3.

5.3 Application of limits to the interfaces

5.3.1—General

A flow chart depicting the decision process for the application of limits is given in Figure 4.

5.3.2 Conducted disturbance requirements for the wired network port

5.3.2|1 Conducted disturbance requirements for the electrical power'supply
interface

The {isturbance voltage limits and measurement method of the\ electrical power sppply
interfaces in the frequency range 9 kHz to 30 MHz are given in Table 1.

Theseg limits apply for electrical power supply interfaces that are directly connected to a gower
supply network (Figure 4).

5.3.2|2 Conducted disturbance requirements for wired network interfaces other than
power supply

The limits specified in this subclause apply for wired network interfaces other than power
supply that are directly connected to a netwark (Figure 4).

The disturbance voltage limits and imeasurement method of wired network interfaces |other
than power supply (e.g. for communication or data transfer) in the frequency range 150 kHz to
30 MHz are given in Table 2 _fon'use with an artificial asymmetrical network (AAN). (If no
coupling network is available\for the interface in question, then the current limits given in
Tablg 3 shall be applied using“the current measurement method given in 8.4.

5.3.3 Conducted disturbance requirements for local wired ports

These limits apply/for interfaces of the following type (Figure 4):
1)

ndirectly~connected to a network via other equipment, including power supply interfdce of
|V lamp;

m

2) neotleonnected to a network and with a length greater than or equal to 3 m.

For local wired ports other than power supply interface of ELV lamp, the disturbance voltage
or the disturbance current limits given in Table 5 or Table 6 shall be applied using the
measurement methods given in 8.5.2.2 and 8.5.2.3. The method of measurement and the
applicable limits for the power supply interface of ELV lamp are described in 6.4.7.

NOTE Interfaces that are not connected to a network and with a length less than 3 m are assessed through the
enclosure port test. Nonetheless, the electrical power supply interface of ELV lamp is always subject to conducted
emissions test, as per 6.4.7.

5.3.4 Radiated disturbance requirements for the enclosure port
5.3.4.1 Frequency range 9 kHz to 30 MHz

Radiated-field disturbance limits in the frequency range of 9 kHz to 30 MHz (Table 8 or
Table 9) apply to the enclosure port of the EUT. However, the EUT needs to be tested for
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radiated emissions within 9 kHz to 30 MHz only if the application, construction or technology
of the EUT can cause large magnetic dipole moments. In case of doubt, or if no such
information is available then the test is to be done. A large dipole moment is obtained if a
substantial disturbance current is running in a loop that encompasses a large surface, such as
(but not limited to) the following cases:

— the manufacturer allows external wired interfaces connected to the EUT by single-
conductor cables;

— the EUT applies internal single-conductor and separated interconnect wiring (or PCBs
tracks) that cause loops and an associated magnetic dipole;

— EUTSs that apply technologies with inductive power transfer.

EXAMPLES Luminaires that have separated supply lines; electrodeless lamps with inductive power transfer and
rechargeable luminaires incorporating inductive power transfer are considered to be equipment with large mggnetic
dipole|moments. DC-fed LED light sources and magnetic 50 Hz or 60 Hz wound ballasted luminaires are exgmples
of lighting equipment that are considered to have very small dipole moments and therefore doe™not need| to be
tested

If the|EUT is incapable of generating a large magnetic dipole moment, then no test is required
and the EUT is deemed to comply with the radiated-field disturbance-‘imits in the freqyency
range of 9 kHz to 30 MHz.

5.3.4|2 Frequency range 30 MHz to 1 000 MHz

The EUT shall be evaluated for radiated emissions in the 30 MHz to 1 000 MHz range by
testing in accordance with one of the methods in Table 10

When the CDNE method is used and all clock frequencies of the EUT are below or eqtial to
30 MHz, then the product is deemed to comply with the requirements between 300 MHz and
1 000 MHz if the emissions comply with the limits in the 30 MHz to 300 MHz frequency range
as splecified in Table 10.

5.3.5 Multiple interfaces of the same type

Wherne the EUT has more than ene interface of the same type, they shall be selectdd for
testing as follows:

o if|{there are multiple similar interfaces connected to the same card or module, then it is
a¢ceptable to assess.one of those interfaces;

e where there are parts of the same type on different cards or modules, then it is accegtable
tg assess onestypical port on each card or module types.

The above is{applicable to conducted emissions measurements on network ports and|local
wired ports ‘enly.

The testreport shall identify the ports assessed. All other interfaces and ports are deemled to
comply with the applicable limits in CISPR 15 provided the above requirements were followed
in selecting the ports for testing and provided all tested ports were demonstrated to be
compliant with the applicable limits of CISPR 15.

5.3.6 Interfaces that can be categorised as multiple types of ports

If a single interface satisfies the definition of more than one type of port defined in this
publication, it is subject to the requirements that apply for each of the port types it satisfies.

EXAMPLE A power-over-Ethernet can be identified as both a wired network port (Ethernet-connection) and a
local-wired port (DC power supply). For the wired network port (Ethernet-connection), the limits in either Table 2 or
Table 3 would apply. For the local-wired port (DC power supply) the limits in either Table 5 or Table 6 apply. In this
case, the disturbance current limits of Table 3 and Table 6 are the same. The disturbance voltage limits of Table 2
and Table 5 are different below 0,5 MHz because of the different methods. In this example, the limits for either type
of port are basically the same. Broadband over power and powerline communication are other examples where the
interface in question can be categorized as different kinds of wired network ports (4.3).
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6 Product specific limit application requirements

6.1

General

2018

This clause includes limit application requirements for specific types of lighting equipment and
shall be used in conjunction with the general requirements in Clause 5. Clause 5 applies for
equipment not listed in Clause 6 (first decision box in Figure 4).

Product specific application notes referring to particular measurement set-ups or operating

condi
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tions are given in Annex A.

Passive EUT

ssive EUT is deemed to fulfil the requirements of this document without further te
ples of such equipment include: luminaires suitable for incandescent lamps or
sted lamps, transformers for incandescent or self-ballasted lamps that de not reg
pltage by means of active electronic components, luminaires fitted with only LED
ve components. Mains rectifier diodes are considered passive compohents.

Where in this document, the term "incandescent lamp" is used, all types of incandescent lamps ing
n lamps are meant.

PLE Incandescent lamps are generally also passive equipment. Although it should be noted that
bf incandescent lamps with very long filaments can generate excessive disturbances.

with electromagnetic controlgear can be considered\to contain only passive comporn
ver due to the physical characteristic of discharge lamps, further assessme
red. Such equipment shall comply with the . disturbance voltage limits at the el
r supply interface terminals given in Tablest However, luminaires for discharge |

ession capacitor (at least 47 nF) acraoss)the mains terminals are deemed to comply
pquirements of this document withgut”measurement. Compliance can be achievsg

ction.
Rope lights
General

lights e.g. Christmas lights, lighting chains, are used for different applications
r and outdoor in‘thé areas of general and effect lighting. Depending upon the applid
construction, {different light source or lamp technologies can be applied,
descent lamps or LED lamps. The controlgear for rope lights can be independsd
ated. Also, rope lights without controlgear are feasible.

Requirements for rope lights
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he—dhsturbance

voltage limits at mains terminals given in Table 1 and with the radiated disturbance limits

given

in Table 8 or Table 9 if applicable, and in Table 10.

The setup and test arrangements are specified in Clause A.3.

6.4
6.4.1

Modules

General

This subclause specifies how to configure a system under test in case the EUT is a module
that is intended to be marketed and/or sold separately from a lighting apparatus or system
and thus to be applied by an end user in a lighting apparatus or system.

Different types of modules can be distinguished, for example the EUT can be (Figure 5):
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e areplaceable module, for example a self-ballasted lamp, an ELV lamp or starter;

e an external module, for example an independent driver or igniter, a wall dimmer or a
remote control;

e an internal module, for example a driver;

e a mounted module, for example a light source, an adapter or a network interface card.

Internal, mounted, replaceable or external modules shall be assessed with at least one
representative host system as auxiliary equipment.

The port(s) of any module being assessed shall be terminated in_accordance with 7.9. The
functions of the host that are specific to the module being assessed shall be exercised,during
the measurements. Modules shown to meet the requirements of this document\in one
representative host are deemed to meet the requirements of this publication whencused ip any
host.|The host and modules used during measurements shall be listed in the testreport.

The manufacturer of the module shall specify the host or the type of luminaire and assogiated
circuits which are suitable and representative for use with the module. This shall be bas¢d on
analysing various possible typical applications for the specific modulé such that the selgcted
host [s representative of typical use in terms of mitigation of disturbances from the module in
quesliion.

Distufbances from auxiliary equipment (including the host).tself shall be sufficiently belo the
appli¢cable limit levels.

Requjrements for specific types of modules are giveniin 6.4.3 through 6.4.10.

6.4.2 Modules having multiple applications

Modules whose functionality and connectivity allows them to be replaceable, int¢rnal,
mourted and/or external shall be tested_in each of those applicable configurations. Where it
can pe shown that one particular gonfiguration provides a worst case, testing in this
configuration is sufficient to show,compliance.

6.4.3 Internal modules

For imternal modules, therapplicability of the limits is determined using the process givien in
5.3. That process shall\be applied to each of the interfaces of the host that may be affected
by emissions (conducied or radiated) generated by the module under test. For those
interfaces of the host that are not tested, the test report shall include a justification why they
were [deemed_not to be affected by emissions generated by the module under test.

The host, \that includes the module as EUT, is tested as a luminaire in accordance| with
ClaugeZ~B.6 (Figure B.1b) and Clause C.4 (Figure C.4) or CDNE setup accdrding
CISPR-16=2=1:

6.4.4 External modules

For external modules the applicability of the limits is determined using the process given in
5.3 for each of the interfaces of the module.

NOTE For external modules, the host that is applied is auxiliary equipment. The disturbance is measured at the
terminals of the EUT (module under test). See for instance Clause D.3 (Case 2- application 2).

External modules as EUT are measured separately to make sure that the auxiliary equipment
(host) does not alter the measurement result (no mutual interaction). Details on the
arrangement of external modules are given in Clause B.6 (Figure B.2) and Clause C.4
(Figure C.5) or CDNE setup according CISPR 16-2-1.
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6.4.5 Single capped self-ballasted lamps

Single capped self-ballasted lamps shall comply with the disturbance voltage limits at mains
terminals given in Table 1 and with the radiated disturbance limits given in Table 8 or Table 9
if applicable, and in Table 10.

The setup and test arrangements for single capped self-ballasted lamps are specified in
Clause A.1.

6.4.6 Double-capped self-ballasted lamps, double-capped lamp adapters, double-
capped semi-luminaires and double-capped retrofit lamps used in fluorescent
Tamp lTuminaires

Doubje-capped self-ballasted lamps, double-capped lamp adapters, double-capped pemi-
luminfaires and double-capped retrofit lamps used in fluorescent lamp luminaires ‘shall comply
with the electric power supply interface voltage limits given in Table 1 and with“the radiated
distutbance limits given in Table 8 or Table 9 if applicable, and in Table 10.

The tpest methods are specified in Clause A.4.

6.4.7 ELV lamps
ELV llamps shall comply with one of the following requirements:

Non-restricted (see 3.3.20) extra-low voltage (ELWW~lamps, intended for connectipn to
symmetrical ELV networks, shall comply with the conducted disturbance voltages of|local
wired ports of Table 4 at the ELV interface, mieasured in accordance with the method
specified A.5.1, and with the radiated disturbafce limits of Table 8 or Table 9 if appligable,
apd in Table 10, measured in accordance with’the method specified in A.5.2.

NOTE 1 The insertion loss of the applied controlgear is typically 26 dB based on measurements dn real
cdnfigurations.

NOTE 2 Special care is taken that no ovenloading of the receiver occurs.

NOTE 3 The 26 dB addition is not.applied to the assessment of radiated disturbances.

b) Repstricted ELV lamps (see-3.3.20) shall comply with the mains disturbance voltage [limits
of Table 1, measured in, accordance with the method specified A.5.1, and with the raqiated
disturbance limits of:Fable 8 or Table 9 if applicable, and in Table 10, measured in
ag¢cordance with thesmethod specified in A.5.2.

NOTE|4 ELV lamps/with active electronic circuit are not intended for the connection to unsymmetricdl ELV
networks.

6.4.8 Single-capped semi-luminaires

Singlercapped semi-luminaires shall comply with the requwements given in Clause 5, With a

t i IR anticfignea than Iaad rA~ e AN ifin
ypIC P oot oty gt tcToat |\4\1u|| T

C).
b’
N
»

Single-capped semi-luminaires shall be arranged, setup and measured as a self-ballasted
lamp. The test methods are specified in Clause A.1.

6.4.9 Independent igniters
Independent igniters for fluorescent and other discharge lamps shall comply with the mains

disturbance voltage limits of Table 1, and they are tested in a circuit as described in
Clause A.6.

6.4.10 Replaceable starters for fluorescent lamps

If the replaceable starter contains active switching electronic components, it shall comply with
the mains disturbance voltage limits of Table 1, while it is applied and tested in a relevant
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host, i.e. a single lamp luminaire equipped with a lamp of the highest power rating for which
the starter is designed. The manufacturer shall specify in the operating manual the type of
luminaire and associated circuit(s) which are suitable for use with the starter. The host that
includes the replaceable starter as EUT is tested as a luminaire in accordance with
Clause B.5.

If replaceable starters incorporate a capacitor having a value between 0,005 yF and 0,02 pF
and which is connected parallel to the contact pins of the starter it is deemed to comply with
the requirements of this document without testing.

7 Operating-and-test-conditions—of-the-EUF
7.1 General

When measurements of disturbances of the EUT are being made, the equipment shall be
operdted under the conditions specified in 7.2 to 7.9.

The EUT is to be tested as delivered by the manufacturer under normakoperating conditions,
for example, as given in I[EC 60598-1 for luminaires.

The possible special conditions given in Clause 8 and Clause 9 for the different methdds of
meagurement shall be applied additionally, as appropriate.

7.2 | Switching

The disturbance caused by manual or automatic operation of a switch (external or included in
equigment) to connect or disconnect the mains>shall be disregarded. This includes mpanual
on/off switches or, for example, switches activated by sensors or ripple control rece|vers.
Howsgver, switches which might be operate€d more often than once in a 10 seconds period
(e.g. puch as those of advertising signs) are not included in this exemption (see 7.5).

7.3 | Supply voltage and frequency

The supply voltage shall be wjthin £ 2 % of the rated voltage. In the case of a voltage range,
measurement shall be carried out within + 2 % of each of the standard supply voltages of that
range given in IEC 60038) The frequency of the mains supply shall be as rated for the
equigment. EUTs that can be operated from either an AC or DC supply shall be measuied in
both fonditions.

If the| rated frequency range includes 50 Hz and 60 Hz, a measurement at either 50 Hz|or at
60 Hz shall be_performed. The emissions at the other mains frequency are then coverg¢d by
this measurement.

7.4 | Rated lamp load and light regulation

If the EUT has a range of lamp loads it shall be measured with the maximum rated lamp load
only.

If the EUT has the possibility to reduce the output power (dimming), the electromagnetic
disturbance of the EUT shall be measured at the maximum and minimum light output.

Phase-cut dimmers are operated in the worst case setting as determined during a pre-test.

7.5 Operating modes

If the EUT is capable of being used in different operating modes e.g. flashing, running
illumination, communication by light modulation, colour shifting, emergency, charging etc.,
then measurements shall be performed in the worst-case mode of operation.
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NOTE Multiple charge regimes can be used by some battery technologies during charging, i.e. fast, trickle, stand
by, PWM etc. for applications in torches, emergency lighting, etc.

The worst case shall be found by prescanning every mode of operation over at least one
repetition interval of the specific mode.

7.6 Ambient conditions

Measurements shall be carried out in normal laboratory conditions. The ambient temperature
shall be within the range from 15°C to 30 °C or within the range specified by the
manufacturer in the operating manual if more restricted.

7.7 Lamps
7.71 Type of lamps used in lighting equipment

Disturbance measurements of lighting equipment shall be carried out with the tamp for which
the lighting equipment is designed.

When the lighting equipment incorporates more than one lamp, all [anips shall be operated
simultaneously.

7.7.2 Ageing times

The light source(s) or lamp(s) that is/are part of the EUT\shall be stable units. Some| light
sourde technologies need a minimum time of ageing to reach a state where its performance
chargcteristics are stable for the purpose of this test;

Unlegs otherwise stated in this document or.§pecified by the manufacturer, the follpwing
ageing times shall be applied:

— 2|h for incandescent technologies;
— 100 h for discharge technologies!

For UED and OLED technologies’*no ageing time is required from an EMC-testing pojnt of
view.

7.8 Stabilization times

Prior [to a measurement, the EUT including the light source(s) or lamp(s) that is (are) pprt of
the HUT shall be_operated until stabilization has been reached. Unless otherwise stated in
this document. or-'specified by the manufacturer, the following stabilization time shgll be
applied:

— 15 min for EUTs that do not include gas discharge technologies;
_ 3bminfor EUTs thatinl ool I s

7.9 Operation and loading of wired interfaces

7.9.1 General

Interfaces or connections that are designated as wired ports shall be operated with typical
wiring and loads or terminations in accordance with the manufacturer’s specification. Any
transmission protocol required shall be typical for normal use and as specified by the
manufacturer.

7.9.2 Interface intended for a continuous signal or data transmission

If the interface is intended for a continuous signal transmission (e.g. PWM), the signal
transmission shall be in operation during the measurement of all ports of the EUT. A
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continuous signal or data transmission may be required to maintain the status (e.g. dimming
level) of the EUT or of the equipment connected to the EUT.

7.9.3

Interface not intended for a continuous signal or data transmission

If the transmission is not continuous or a continuous data transmission is not necessary to
maintain the status of the EUT (e.g. dimming command sent via a DALI protocol), continuous
transmission during the tests shall not be applied.

7.9.4
The |
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Table 11 — Overview of standardized conducted disturbance measurement methods

Interface Limits Frequency range Reference
CISPR 16-1-1 (receiver)
E]'fe‘i}ggepower supply Table 1 9 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-2 (ancillary equipment: AMN)
CISPR 16-2-1 (measurement method)
CISPR 16-1-1 (receiver)
Table 2 150 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-2 (AAN, CVP)
Wired network interfaces CISPR 16-2-1 and 8.4 (measurement
other than power supply method)
interflace (e.g. for -
communication or data CISPR 16-1-1 (receiver)
transfer)
Table 32 150 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-2 (current probe)
CISPR 16-2-1 and 8.4 (measuremen
method)
CISPR 16-1-1 (recgiver)
Loca| wired port — > . .
electlical power supply $:E:: ‘11 or 9 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-2 (ancillary equipment: AMN)
interface of ELV lamps CISPR 16-2-1"ahd A.5.1 (measurement
method)
CISRPR\16-1-1 (receiver)
Table 5 150 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-2 (voltage probe)
Loca| wired port — other CISPR 16-2-1 and 8.5.2.2 (measurenjent
than the electrical power method)
supply interface of ELV CISPR 16-1-1 (receiver)
ampp
Table 6 150 kHz to 300Hz CISPR 16-1-2 (current probe)
CISPR 16-2-1 and 8.5.2.3 (measurenjent
method)
a8 Depending on the EUT port under test and _on'the selected test method, the applicable limit will be Tablg 2 or
Thble 3 or both.
In addition to the requirements )given in the basic standards, the following requirements for
the EUT arrangement and measurement procedure apply.
8.3 | Electrical power.supply interface disturbance measurement
The disturbance voltage measurement shall be performed as per the method of CISPR 1[6-2-1
at the electrical \power supply interface of the EUT by means of the circuits and arranggment
desciibed inn’Ahnex B for the relevant type of equipment. An artificial mains V-nefwork
50 Q| 50 pH> + 5 Q that satisfies the requirements of CISPR 16-1-2 in both the 9 kiHz to
150 KHZ and 150 kHz to 30 MHz frequency ranges shall be used.
8.4 Disturbance measurement of wired network interfaces other than power supply

Voltage disturbance measurements at wired network interfaces other than power supply (e.g.
for communication or data transfer) shall be carried out by means of an artificial asymmetrical
network (AAN) as specified in CISPR 32. The AAN shall be bonded to reference-ground plane
(see Annex B). The measurement method specified in CISPR 16-2-1 applies.

Current disturbance measurements at wired network interfaces other than power supply (e.g.
for communication or data transfer) shall be carried out by means of the current probe (CP)
method specified in CISPR 16-2-1. The current probe shall be in accordance with 5.1 of

CISP

R 16-1-2:2014.
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Alternatively, combined voltage and current probe measurements can be applied using the
limits of both Table 2 and Table 3 and the combined CVP/CP method described in C.4.1.6.4
of CISPR 32:2015.

NOTE Only the common mode disturbance generated is being measured, as in practice disturbances from the
differential-mode control signals are negligible.

8.5 Local wired port disturbance measurement
8.5.1 Electrical power supply of ELV lamps

The method for conducted disturbance measurements at the electrical power supply interface
of ELIV Tamps is specified A.5.7.

8.5.2 Other than electrical power supply of ELV lamps
8.5.2|1 General

The methods for conducted disturbance measurements at local wired ports{other than the ELV
interface of an ELV lamp shall be as per CISPR 16-2-1 and the followjng.subclauses.

8.5.2{2 Voltage probe measurement method

When a voltage probe is used for measuring voltage disturbances on local wired portg, the
measguring circuit shown in Figure B.2 shall be applied. Seeralso B.3.5.

The Joltage is measured between each single lead of-the cable of the local wired port and the
ground.

The \oltage probe shall be as defined in 5.2 of CISPR 16-1-2:2014.

The measuring results shall be corrected,according to the voltage division between the probe
and the measuring set. For this correction, only the resistive parts of the impedance shall be
taken into account.

The |ength of the coaxial cable between the probe and the measuring receiver shall not
exceed 2 m.

8.5.2{3 Current probe measurement method

When a current_probe is used for measuring conducted disturbances on local wired port$, the
meaguring cireuit shown in Figure B.2 shall be applied. See also B.3.5.

The dqurrent probe shall be in accordance with 5.1 of CISPR 16-1-2:2014.

9 Methods of measurement of radiated disturbances

9.1 General

This clause provides details on the measurement methods, EUT arrangements and
procedures associated with the radiated disturbance measurements and include specific
requirements that take precedence over those provided in the basic standards. Details on
specific EUT arrangements for radiated disturbance measurements are given in Annex C.

9.2 Intentional wireless transmitters

If intentional wireless transmitters are part of the EUT, the emission from the wireless
transmitters shall not be considered as part of the radiated disturbance (see Clause 1). This
can be done either by switching off the wireless function of the EUT (if possible and if it does
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not compromise the typical non-intentional emissions) or by ignoring the intentional radiated
emission in the corresponding frequency band.

NOTE For intentional wireless transmitters, applicability of country/region specific regulations is considered.
9.3 Measurement instrumentation and methods
9.3.1 General

Radiated disturbances at the different ports shall be measured by applying instrumentation,
test sites, procedures and method as indicated in the references of Table 12.

TLabIe 12 — Overview of standardized radiated disturbance measurement methods

Method Limits Frequency range Reference
LLAS Table 8 9 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-1 (receiver)
CISPR 16-1-4 (instrumentation: antenpas{and test site)
CISPR 16-2-3 (measurement method)

Loop Table 9 9 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-1 (receiver)
anternna

CISPR 16-1-4 (instrumentation: antennas and test site)
9.3.3 (measurement method)

OAT$/SAC | Table 10 | 30 MHz to 1 GHz CISPR 16-1-1 (receiver)

CISPR 16-1-4 (instrumentation: antennas and test site)
CISPR 16-2-3\(radiated measurement method)

FAR Table 10 | 30 MHz to 1 GHz CISPR 16a1-1 (receiver)

CISPR16-1-4 (instrumentation: antennas and test site)
CISPR 16-2-3 (measurement method)

TEM Table 10 | 30 MHz to 1 GHz CISPR 16-1-1 (receiver)

IEC 61000-4-20 (measurement method and instrumentatjon)
Table 10 | 30 MHz to 300.MHz CISPR 16-1-1 (receiver)
CISPR 16-1-2 (instrumentation: coupling devices — CDNEs)
CISPR 16-2-1 (CDNE measurement method)

CDN

In addition to the requirements given in the basic standards, the following requirements for
the EUT arrangemént and measurement procedure apply.

9.3.2 LLAS radiated disturbance measurement 9 kHz to 30 MHz
9.3.2}1 Setup EUT

The magnetic component shall be measured by means of a large loop antenna system (LLAS)
as described in CISPR 16-1-4. The EUT shall be placed in the centre of the LLAS as shown in
Annex C of CISPR 16-1-4:2010. The requirements for routing the cables from the EUT and for
the positioning of the EUT inside the LLAS given in CISPR 16-1-4 shall be applied.

If the manufacturer allows external wired interfaces to be connected to the EUT by single-
conductor cables (which can cause loops and associated magnetic dipoles; see 5.3.4.1), then
the EUT shall be tested by configuring each of these external interfaces with a single-
conductor wiring having a rectangular loop with an area of 1 m2. The support plate of
Figure A.6 can be used to establish this 1 m2 loop. The system under test, i.e. the EUT
including its external interfaces arranged in one or more 1 m2 loops, shall be arranged such
that it fits within the smallest possible sphere while at the same time complying with the
following requirements:
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— distance between the EUT’s enclosure and the plane of any of its interfaces arranged in
1 m2 loops is equal to or greater than 10 cm;

— distance between the loop area of any two adjacent EUT interfaces arranged in 1 m2 loops
is equal to or greater than 10 cm.

This smallest possible sphere encompassing the EUT and its interfaces arranged in 1 m2
loops shall be placed with its centre at the centre of the LLAS.

9.3.2.2 Measurements in three directions

The current induced in the LLAS is measured in accordance with 7.2 of CISPR 16-2-3:2016.
By nfeans of a coaxial switch, the three field directions of the EUT can be measurkd in
sequence. The measurement results for each direction shall comply with the limits.

9.3.3 Loop antenna radiated disturbance measurement 9 kHz to 30 MHz

The measurements are performed at 3 m distance with a 60 cm loop antefina as specified in
4.3.2|of CISPR 16-1-4:2010.

The fpllowing setup requirements and measurement method apply:

1) The measurement shall be performed on an OATS or SAC;

NOTE Validation requirements for below 30 MHz measurementsiare under development by CISPR/A; see
E|C PAS 62825 for some guidance.

2) Hpgight of the centre of the loop above the GRP of the OATS or SAC must be 1,3 m;

3) The loop antenna shall be positioned in the two\vertical positions with respect to the [GRP,
i.¢. vertical coaxial and vertical coplanar;

4) The measurement distance is to be taken between the centre of the loop antenna and the
bgundary of the EUT;

5) The EUT shall be arranged in accotdance with Clause C.4;
6) The EUT shall be rotated for each-orientation of the loop antenna and the maximum palue
reicorded for each loop antenna.orientation shall comply with the limits given in Table P.
9.3.4 Radiated disturbance measurement 30 MHz to 1 GHz
9.3.4[1 OATS or SAC ymethod

The getup requirenments and test method of CISPR 16-2-3 apply when tests are made psing
the radiated method on an OATS or SAR. Specifics on EUT-arrangements can be found in
Annek C.

To improve the reproducibility, the mains supply cable of the EUT shall be terminated With a
CDNE (tas defined in CISPR 16-1-2) positioned on the reference-ground plane (if appligable)
and t i i | i ;

9.3.4.2 FAR method

The setup requirements and test method of CISPR 16-2-3 apply when tests are made using
the radiated method in a FAR. Specifics on EUT-arrangements can be found in Annex C.

To improve the reproducibility, the mains supply cable of the EUT shall be terminated with a
CDNE (as defined in CISPR 16-1-2) positioned on the reference-ground plane (if applicable)
and the receiver port of the CDNE terminated with a 50 Q impedance.

9.3.4.3 TEM method

The setup requirements and test method of IEC 61000-4-20 apply when tests are made using
the radiated method in a TEM cell.
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4 CDNE-method

2018

The setup requirements and test method of CISPR 16-2-1 apply when tests are made using

the C

DNE.

10 Compliance with this document

Where this document gives options for evaluating particular EMC characteristics with a choice
of measurement methods, compliance can be shown against any of the specified limits using
pproprlate measurement method In any situation where it is necessary to re- measure

the a

chosg

NOTE
obtain
evalug

n shall be used in order to ensure con3|stency of the results

If individual items of equipment from a series are tested, it can be expected that a range,of results

tion of mass-produced equipment.

11 Nleasurement uncertainty

Wher

specified in CISPR 16-4-2, this shall be followed, and for these measurements

deter

mination of compliance with the limits in this documeni-shall take into consideratio

measgurement instrumentation uncertainty in accordance with CISPR 16-4-2. Calculatig

deter
test |

inclug

mine the measurement result and any adjustment.of‘'the test result required whe
hboratory uncertainty is larger than the value for @ gpg given in CISPR 16-4-2 sh

led in the test report.

12 Tlest report

Geng
Suffiq
inclug

The t

— i
- th

ral requirements of 5.10 of ISOQ/EC 17025:2005 for compiling a test report 2
ient details shall be provided tq@ facilitate reproducibility of the measurements. This
le photographs of the EUT and the measurement configuration where this is approp

st report shall include the“following information:

mensions of the EUT:
e below 30 MHz radiated-field disturbance method used and the associated limits

-t
h

e above 30"MHz radiated-field disturbance method used and the associated limit{
ve beentapplied (4.5.3);

h{ve been applied (4.5.2);

- W
m

hen¢ using the CDNE method to show compliance to 1 GHz, a statement (fron
abufacturer) that the clock frequency is below 30 MHz;

ginally

will be

ed, irrespective of measurement uncertainty. Annex E contains information about methods’ for statistical

e guidance for the calculation of the instrumentation uncertainty of a measuremegnt is

the
n the
ns to
n the
all be

pply.
shall
Fiate.

that

that

h the

— the wired interfaces that have been assessed together with the assigned port, the method
used and associated limits (5.3);

— in case of module measurements, description and arrangement of the host and modules
used during measurements (6.4);

— the adjustment of the test result required when the test laboratory uncertainty is larger

th

— deviations from cable length requirements,

an the value for Uggpr given in CISPR 16-4-2;

other requirements on cable lengths or dimensions in the test setup (B.2.1).

in case of conflicting lengths of cables with
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Figure 5 — Example of a host system with different types of modules



https://standardsiso.com/api/?name=35d24fbee616a3315a417347a006c2d1

-42 - CISPR 15:2018 © IEC 2018

Annex A
(normative)

Product specific application notes referring to particular
measurement set-ups or operating conditions

A.1 Single-capped self-ballasted lamps

A.1.1 Arrangement for conducted disturbance measurements

The ¢ircuit for the measurement of the disturbance voltage for a single capped lamp is)shown
in Figure B.1c.

The lamp is fitted in an appropriate lampholder and mounted in a conical reference housipg as
specified in Figure A.2. The conical housing is positioned on the table with.40 cm disfance
from |the RGP (see Figure B.1 and Figure A.3 and Figure A.4). Self-ballasted lamps with a
GU1(Q bayonet cap (IEC 60061-1) are to be fitted in an electrical conductive hose-clamp type
of fixture which makes contact with the circumference of the housing (either conductiyve or
non-gonductive) of the GU10 lamp near the rim as indicated in Figure A.5. The hose-¢lamp
shall |have a width of (9 £ 1) mm. The hose-clamp fixture is_to be connected to the |earth
termipal of the AMN. The conductive hose-clamp, together with an appropriate lamp holder,
acts as a reference luminaire for GU10 lamps.

The power supply cable connecting the terminals of(the conical housing or of the GU10’s
hoseiclamp to the AMN shall be of 0,8 m. The conical metal housing or the GU10’s hose-
clamp shall be connected to the earth terminal of the AMN.

Singlg-capped self-ballasted lamps having(particular shapes that do not fit in the cgnical
housing shall be measured using a reference housing (reference luminaire) that satisfigs the
requifements for a host system specified.in 6.4.1.

A.1.2 Arrangement for radiated'disturbance measurements

The gingle capped lamp shali'be’ measured when inserted in a relevant lampholder.

A.2 | Semi-luminaires

Semitluminaires.shall be measured with a suitable lamp having the maximum power allowed
for it| The combjnhation of the semi-luminaire (EUT) and the lamp (AuxEq) is the system Under
test pnd thesCombination shall be tested as a single capped lamp in accordance| with
Clauge A1

A.3 Rope lights

A.3.1 Preparation of the EUT

The rope lights (not the mains cord, if applicable) shall be folded on the insulating support
plate as depicted in Figure A.6. The support plate consists of a square insulating plate with
dimensions (1 250 x 1 250) mm and two rows of 24 circular insulating sticks positioned as
shown in Figure A.6. The starting point (mains connection) of the rope is in the middle
between the two rows on the left side of the plate. If the length of the rope light (excluding the
mains cord) is less than 1,2 m, then no meandering on the support plate is needed and the
rope light shall be treated as a luminaire.
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A.3.2 Arrangement for conducted disturbance measurements

The insulating support (AuxEq) with the rope lights (EUT) shall be considered a luminaire and
shall be arranged as specified in Clause B.5.

A.3.3 Arrangement for radiated disturbance measurements

The insulating support (AuxEq) with the rope lights (EUT) shall be considered a luminaire and
shall be arranged as specified in C.4.2.

A.4 _Double-capped lamp adapters, double-capped self-ballasted lamps
double-capped semi-luminaires and double-capped retrofit lamps used in
fluorescent lamp luminaires

A4.1 For application in linear luminaires with electromagnetic controlgear

Double-capped lamp adapter, double-capped self-ballasted lamp, déuble-capped pemi-
Iuminl:aire and double-capped retrofit lamp shall be measured with theZauxiliary equigment
specified in Figure A.1. The EUT is inserted into a linear reference luminaire as specified in
Figure A.1. The existing magnetic lamp controlgear is short-circuited if specified by the
manufacturer in the operating manual. The height of the lamp _holders shall be such that the
distapce between the exterior of the lamp and the metal plate\is (9 £+ 1) mm for lamps hpving
a nominal tube diameter lower or equal to 25 mm and (20 £ 19 mm for lamps having a nominal
tube diameter greater than 25 mm.

The units under test (EUT) shall be measured as<manufactured. For double-capped [lamp
adaptier and double-capped semi-luminaire, suitable lamps having the maximum power
allowpd for it shall be used.

If the| use of a magnetic controlgear is required by the manufacturer in the operating mgnual,
the mpagnetic controlgear shall fulfil IEC.60921 and the parasitic capacity between ling and
earth[shall be less than 2 nF, as measured at or below 1 kHz. The magnetic lamp contrdigear
in the measurement set-up of Figure A.1 shall be short-circuited if the use of the magnetic
contrplgear is not required by-~the manufacturer. For conducted emissions, the [fable
conng¢cting the terminals at-‘the reference luminaire to the AMN shall comply with the
requifements given in B,2.1~and the ground terminal of the reference luminaire shall be
conng¢cted to the earth terminal of the AMN.

A.4.2 For application in linear luminaires with electronic controlgear

For application~of double-capped lamp adapters, double-capped self-ballasted lamps, dquble-
capp¢d semizldminaires and double-capped retrofit lamps in luminaires with elecjronic
contrplgeaein operation, the requirements are to be verified using a typical host luminaire or a
CISPR-IR 30-1 reference luminaire compliant with this document.

A.4.3 For application in other than linear luminaires

Double-capped self-ballasted lamps having particular shapes (e.g. U-shaped) that do not fit in
the reference luminaire of Figure A.1 shall be measured using a reference housing that
satisfies the requirements for a host system specified in 6.4.1.

A.4.4 Measurement methods

EUT in the reference luminaire (AuxEq) is tested as a luminaire. The system under test,
including the EUT, as shown in Figure A.1 shall be used for both the measurement of the
disturbance voltages described in Clause 8 and for the measurement of the radiated
electromagnetic disturbances described in Clause 9.
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ELV lamps

Conducted disturbance test

amps shall be tested as follows:

2018

a) Non-restricted ELV lamps: The extra-low voltage terminals of the ELV lamp shall be
connected to the AMN. The mains input side of the AMN is connected to the output of a
suitable magnetic transformer. See Figure A.3.

b) Restricted ELV lamps: The ELV lamp shall be connected to the power supply of the same
model/type as specified by the manufacturer in the operating manual. The combination

shall be measured using the arrangement as shown in Figure A.4.

In bo
strap

A.5.2

Radi3
perfo
meta

th cases, the ELV lamp is mounted as described in A.1.1. In either case, the) bo
of the AMN shall satisfy the requirements in 5.3 of CISPR 16-2-1:2014.

Radiated disturbance tests

ted disturbance measurements of an ELV lamp (as applicablessee 6.4.7) shd
rmed in accordance with Clause 9. However, the lamp shall net b€ mounted in a c¢
housing.

For any assessment method of the radiated disturbances, the/ollowing applies:

A.6

Indef
moun
(12 +
the p
AMN
that
is me

r non-restricted ELV lamps, only the lamp shall be assessed;

r restricted ELV lamps, both the lamp and the specific power source shall be assess
Independent igniters

endent igniters are measured in alLrelevant lamp-ballast circuit. The igniter shg
ted together with the suitable slamp and ballast on a piece of insulating ma
2) mm thick, which shall be placed on a metal plate of dimensions slightly largen
iece of insulating material. {The plate shall be connected to the reference earth ¢

eference earth. The lamp;is then started. After the stabilization time, the terminal vg
asured.

nding

Il be
nical

ed.

Il be
erial,
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f the

If the device or ballast is~provided with an earth terminal, it shall also be connecfed to

ltage
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Dimensions in millimetres

[~~~ Isolating material

L — Metal plate

Lamp holder

EUT

Reflector fixing screw.

[~ (at least 4 screws)
wzo

== Movablerefléctor
(unsheathed aluminum)

< ) Starte_r holder: apply starter ps
supplied by the manufacturef,
or short circuit

Magnetic controlgear
(MCG) or short circuit

750
a+ 180

L=

320

80

40

150

210 Typical connector

300

w7 10

Line
Ground

Neutral

< h=9x1ford <25, or
' V= h =20 £1 for d > 25

! T
<> <>
Movable reflector

IEC

Figure A.1 — Reference luminaire for double-capped lamp adapter, double-capped self-
ballasted lamp, double-capped semi-luminaire and double-capped retrofit lamp used in
linear fluorescent lamp luminaires (see A.4.1)
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Dimensions in centimetres

Thumb screw fixing -— EPSI

the tube position

inside the cone \

| A
[ o
! g
[ — 5
i T g 2
/ i ) T £6§
i : = £
) i Connection to PE of = =
N i “—  the AMN
o) Il
o !
: Electrical bonding
‘ i
~ | k
/| LH
3\
3 square (1,0 cm x 1,0 cm cross-section)
spacers of electrical insulating material MCH
distributed over the circumference of the A\
MCH at 3 x 120 ° = 360° EUT ©
(to ensure a specific clearance between ‘;
the EUT and the metal surface) Ke}
£
©
\ g
4 E
£
=
22,5° +1°
3\
\
A
|
i
i
Rim’ of the conical housing
aperture is positioned on the test
table IEC
Key
T Tube: outerdiameter 1,9 cm, inner diameter 1,6 cm
LH Lampsholder
EUT Self-ballasted lamp under test
MCH Perfarated metal canical hnlming for example 5 mm squares

EPSI Electric power supply interface
NOTE 1 Tolerances in dimensions: + 1 mm, unless otherwise specified.
NOTE 2 For good reference, adjust the lamp to the position nearest to the lamp holder.

NOTE 3 For good reference, the lampholder is of insulating material.

Figure A.2 — Conical metal housing for single capped lamps (see A.1.1)
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Mains

TOP VIEW

Arrangement to be located 0,4 m from the RGP by applying a non-conductive

Key
PS

PE
AMN
ELV
M

This a
emplo
Figure
Altern
imped

NOTE
of Tab

againgt possible high~signal levels at the ELV terminals.

NOTE
housin

table
M
26 dB attenuator (optional; see NOTE 1)
EUT (lamp
ELV under test)
| Cable length (0,8 £ 0,05) m /
PS L =l /
N AMN N ;
PE PE / T
=+ l Flexible, unshielded
three core cable Metal cone
Electrical bonding to RGP (see Figure A.2)
Reference ground{plane (RGP)

Power supply (appropriate power supply e.g. magnetic transformer or universal power supply)
Line

Neutral

Protective earth

Artificial mains network

Extra low voltage

CISPR measuring receiver

frangement shows a top view/and uses a horizontal reference ground plane. The same setup can 9
ed at a distance of 0,4 m aside-of a vertical reference ground plane (see CISPR 16-2-1 and Clause B
B.3 of this document for_details of the arrangement). The AMN shall be placed on and bonded to thg
tively, it can be placed, ‘on/the non-conductive table and bonded to the RGP by means of a very wig
hnce conductor. In eithef case, the bonding strap shall satisfy the requirements in 5.3 of CISPR 16-2-1

1 If the 26 dB attenuator is used, the limits given in Table 1 are applied. If no attenuator is used, the
e 4 apply. Se€ 6-4"7a). A 26 dB attenuator between the AMN and receiver is also for protecting the re

2 The“ground of the flexible unshielded cable between AMN and EUT is connected to the conical
g.

from non-restricted ELV lamps (see A.5.1)

IEC

Iso be
.5 and
RGP.
e, low
2014.

limits
ceiver

metal
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Arrangement to be located 0,4 m from the RGP by applying a non-conductive table

This a
emplo
Figure
Altern
imped

The ground cable between AMN and EUT is connected 18 'the conical metal housing. If the PS also require

conne

Key
PS

PE
AMN
ELV

M
EUT (lamp
under test)
Cable length dist
(0,8 0,05 m pplea
Mains [
\ < > —> |[—
Al L
N AMN
PE

Electrical bonding to RGP

Flexible, unshielded
cable

Reference ground plane (RGP)

Metal con
(see Figure

[©)

A.2)

frangement shows a top view and uses a horizontal reference_ground plane. The same setup can g
ed at a distance of 0,4 m aside of a vertical reference ground’plane (see CISPR 16-2-1 and Clause B
B.3 of this document for details of the arrangement). The AMN shall be placed on and bonded to the
htively, it can be placed on the non-conductive table and<bonded to the RGP by means of a very wig
hnce conductor. In either case, the bonding strap shall satisfy the requirements in 5.3 of CISPR 16-2-1

tion, it shall be connected to the PE of the AMN:=

Appropriate power supply specified bythe*manufacturer
Line

Neutral

Protective earth

Artificial mains network

Extra low voltage

CISPR measuring.receiver

Figure A.4 — Arrangements for conducted disturbance measurements

from restricted ELV lamps (see A.5.1)
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2014.
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Electrical conductive
hose clamp

Connection to PE of the
AMN

il

IEC
Key

GU10 | Self -ballasted lamp with a GU10 bayonet cap

Figure A.5 — Hose-clamp reference luminaire for self-ballasted lamps with a
GU10 bayonet cap (see A.1.1)

Dimensions in millimetres

45

V)

0000000000000 00000000O0

24 insulating cable supports with a diameter of 20

Direction of rope light

Insulating plate

o
1250

24 insulating cable supports with a diameter of 20

0000000000000 O0O0O0DO0O0O0O0O0DO0O0OOO

1250

IEC

NOTE All dimensions have a 5 % tolerance.

Figure A.6 — Support plate for arranging long cables
and rope lights (see 9.3.2, Clauses A.3 and B.3)
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Annex B
(normative)

Test arrangements for conducted disturbance measurements

B.1 General

This annex gives more details on the test arrangements for conducted emission

measurements. It concerns details on the positioning of the EUT, the cables, auxiliary
equil ment and the :mr‘illqry pqnipmpn’r (Iikp measurement Inrnhnc)

B.2 | Arrangement of cables connected to interfaces of wired network ports

B.2.1 Arrangements of electric power supply cables

The ¢putput terminals of the artificial mains network (50 /50 uH + 5 Q-AMN that meets the
requifements as specified in CISPR 16-1-2 in both 9 kHz to 150 kHz(and 150 kHz to 30| MHz
frequency ranges) and the electric power supply terminals of the\EUT shall be positloned
(0,8 £ 0,05) m apart and shall be connected by the two power gonductors of a flexible three-
core pr two-core cable of (0,8 + 0,05) m length.

If the| electric power supply cable of the EUT is longer than*necessary to be connected ﬂo the
AMN|] the length of this cable in excess of 0,8 m shall be‘*folded back and forth parallel fo the
lead $0 as to form a bundle with a length between 0,3 m and 0,4 m.

If the| cable on which the measurements are to;bé made is shorter than the required disfance
betwgen the EUT and the AMN, it shall be extended to the necessary length.

In cage there is a conflict between the distances indicated in Figure B.1 to Figure B.3 and the
cablg| length specified in this paragraph, then the latter takes precedence.

In spgcific cases, like very largesEUTs, the above stated cable length requirements may be
impossible to be complied with. In case of deviations from the above stated power supply
cablg| length are requiredsthese, together with the corresponding justification, shall be dtated
in thg test report.

If thg electric power/ supply cable of the EUT includes the protective earth conductof, the
earthjng conducter at the end of the power supply cable opposite the EUT shall be conn¢cted
to thg AMN reference ground.

Where a protective earth conductor is required, but is not included in the lead, the conngction
of the_protective earth line of the appliance to the AMN reference ground shall be made by a
wire not longer than necessary to be connected to the AMN running parallel to the electric
power supply cable at a distance of not more than 0,1 m from it.

B.2.2 Arrangement of other than electric power supply cables

EUTs that have interfaces, designated as network ports, to connect other than the electric
power supply cables (see B.2.1) to AuxEq (e.g. DALI controller, LAN switch, power-over-
Ethernet switch) shall be mounted on an insulating table in accordance with Figure B.1a,
Figure B.2 and Figure B.3.

The cable length requirement is (0,8 £ 0,05) m and the cable is arranged in accordance with
the applicable test method given in 8.4.
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B.3 Arrangement of cables connected to interfaces of local wired ports

B.3.1 General

This clause applies to the arrangement of EUT interfaces classified as local wired ports (see
5.3.3).

EUTs that have such interfaces, categorized as local wired ports, to connect to AuxEq (e.g.
load, starter, ignitor, controlgear, sensors, power switch, LAN switch, components, etc.) shall
be mounted on an insulating table together with the interconnecting cable and the AuxEq.

The Irnterconnecting cable of the local wired port being assessed shall be arranggd as
specified in B.3.2 to B.3.4.

In case of multiple identical local wired ports, only the cable of the local wired port peing
assegsed shall be arranged as specified in this subclause. The other local wired ports shpll be
termihated with AuxEq using a short cable. See also Clause B.4.

B.3.2 Cables of local-wired ports indirectly connected to a network

Cablgs of local-wired ports that are indirectly connected to a nétwork can have any length in
pract{ce (3.4.10). Depending on the maximum length specified’ by the manufacturer, ope of
the fqllowing cable arrangements shall be applied:

a) Fpr cables < 3 m, measurements shall be performed with a cable of 0,8 m + 20 %, of with
tHe smaller maximum length indicated by the manufacturer. The cable shall be a flgxible
cable, of sufficient cross-section, and shall be arranged in a straight line.

b) For cables >3 m, measurements shall _bé" performed twice, once with a cabje of
048 m+ 20 % as in a) above and secondly with the maximum permissible cable length
afranged on the support plate specifiedvin Figure A.6. If the maximum permissible fable
length exceeds 25 m, then the second measurement shall be performed with a length of
25 m.

c) Where the manufacturer gives.strict installation and application instructions, including the
afrangement of the cable, thesmeasurements shall be performed under these conditigns. If
thhe manufacturer’s instrnlctions require a shielded cable to be used or that the|non-
S?Lielded cable is installed inside a metallic conduit, the measurements shall be perfgrmed
under these conditions; otherwise, the cable length requirements in a) or b) shall be

obbserved, as appliecable based on the cable length specified by the manufacturer.

The |ndication of{the maximum permissible cable length shall be shown clearly in the
installation instriictions and/or on the type label of the EUT.

B.3.3 Cables of local-wired ports other than the type mentioned in B.3.2

Cablbb Uf iUbdi'VV;ICUI }.)Ultb tildt dal© IIUt ;Ild;lcbtiy l.;UIIIICl;tCUI tU d IIUtVVUIIr\ odll ;IGVC alry i.‘)ngth
>3 m in practice (3.4.10). Depending on the maximum length, or particular installation or
application instructions specified by the manufacturer, one of the following cable
arrangements shall be applied:

a) Measurements shall be performed twice, once with a load cable of 0,8 m £+ 20 % as in a)
above and secondly with the maximum permissible cable length arranged on the support
plate specified in Figure A.6. If the maximum permissible cable length exceeds 25 m, then
the second measurement shall be performed with a length of 25 m.

b) Where the manufacturer gives strict installation and application instructions, including the
arrangement of the cable, the measurements shall be performed under these conditions. If
the manufacturer’s instructions require a shielded cable to be used or that the non-
shielded cable is installed inside a metallic conduit, the measurements shall be performed
under these conditions; otherwise, the cable length requirements in a) shall be observed,
as applicable based on the cable length specified by the manufacturer.
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The indication of the maximum permissible cable length shall be shown clearly in the
installation instructions and/or on the type label of the EUT.

B.3.4 Power-supply cables of an ELV lamp

For the power-supply interface of an ELV lamp, which is also a local wired port indirectly
connected to a network, the specific test arrangement of A.5.1 applies.

B.3.5 Arrangement of measurement probes

For voltage probe measurements, the voltage probe shall be placed at a distance of
(10 t5yTmfrom the EUT.—Sctreened EUT interfaces are measured using the CISPR1B-2-1
methpd where the screen is connected to the RGP by means of a 150 Q resistor, the vgltage
probe shall be placed in parallel with the 150 Q resistor.

For ¢urrent probe measurements, the current probe shall be placed at''a distan¢e of
(30 £[5) cm from the EUT. The current probe shall encompass all the leads~of the intgrface
conng¢cted to the EUT, in order to measure the common-mode mode current. Screened| EUT
interfaces are measured using the CISPR 16-2-1 method where the~sereen is connected to
the RGP by means of a 150 Q resistor.

As ap example, Figure B.2 shows this principle for a module€ "\t also applies for condpcted
meagurements at a local wired port of a luminaire.

B.4 | Loading and termination of cables

As a|general principle, all cables of the EUT .that are subject to the conducted disturhance
tests|(see 5.3.5) shall be terminated and loaded; as indicated in 7.9. Interfaces designatgd as
network ports shall be terminated with AANs or AMNs, as applicable to each intefface.
Figure B.2 shows this principle for a module. It also applies for a luminaire.

Testqd are generally executed sequentially. All EUT cables, not only the cables under| test,
shall pe terminated during all measurements.

The measurement port of AMNs or AANs shall be terminated with 50 Q if the receiver [s not
connegcted (if the AMN or the AAN functions as a termination).

B.5 | Luminaires

The [measuring circuit is given in Figure B.1a and the measurement arrangemenits in
Figure B.3:

If thn Lipainaira 1o neaviAAA aath ~n Arth tarmainal it chall I A~ At~ A $4 thn rAfArAnAA arth
CHor o TSP TroviGCo—vwvrt—ar—Cartr—tCrr oot o o e CtC OO T C1CCrcT

of the AMN. This connection shall be made by means of the earth conductor contained in the
power cable to the luminaire. Where this arrangement is not common practice, the earth
connection shall be made by means of a lead, the same length as the power cable and
running parallel to the power cable at a distance of not more than 0,1 m.

If the luminaire is provided with an earth terminal, but the manufacturer states that it need not
be earthed, it shall be measured twice: once with and once without the earth connection. In
both cases, the luminaire shall comply with the requirements.

The following three options for the arrangement of the luminaire can be used.

a) The luminaire shall be placed on an insulating table, such that the base of the luminaire
(usually the opposite side of the optical window) is on the insulating table at 0,4 m from a
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b)

c)

horizontal reference ground plane and the light output (optical window) is generally
directed away from the RGP. See Figure B.3a.

The luminaire shall be placed on an insulating table of 80 cm or greater height, such that
the base of the luminaire (usually the opposite side of the optical window) is positioned
vertically (at 90° with the insulating table’s top) and at a distance of 40 cm from a vertical
reference ground plane. The light output is generally directed away from the reference
ground plane. See Figure B.3b.

The luminaire shall be placed on an insulating table, such that the base of the luminaire is
on the insulating table at least 0,8 m from the floor. The longest side of the luminaire is
positioned parallel with a vertical reference ground plane at a distance of 0,4 m. The light
output is generally directed away from the floor. See Figure B .3c

NOTE| In case of the option a), the EUT can also be rotated 90° such that the EUT base is perpendicular|to the

RGP.

For each arrangement in addition the following applies.

All conductive surfaces other than the reference ground plane shall bé<{separated at|least
0,8 m from the EUT. The reference ground plane shall have dimensions-of at least 2 m k2 m
and ghall extend at least 0,5 m beyond the projection of the boundaries of the system under

test

EUT, AuxEq and all cables). All AMNs and AANs shall be)bonded to the refefence

ground plane by means of low impedance connections (as per CISPR 16-2-1). The cable$ that
run from the AMN and the AAN to the EUT shall be separated’ (10 £ 5) cm from each |other

except close to the EUT and AMN/AAN connectors (see Figure B.1).

B.6

Modules

In cage of internal, mounted or replaceable modiles, the EUT (module) shall be connectged as

showh in Figure B.1b.
In case of external modules, the EUT (module) shall be connected as shown in Figure B.

The measurement arrangements given in Figure B.3 apply.

(load
speci

The Ianth, type and arrangement of the cables between the EUT (module) and the AuxEq

™~

, starter, ignitor, control terminals, sensors, switches, components, etc.) shall be as
ied in Clause B.2.and B.3.

AuxE|q shall be cohnected to the EUT as specified by the manufacturer, while observing the

requifements in 'Clause B.2 and B.3.

The tptalrarrangement of EUT and AuxEq and cable(s) shall be measured in accordanceg with

Clauge’B.5.
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Dimensions in centimetres

d
c
E
toM ____Cable length: see Clause B.2 b
2045 | [ @ |
—_—] AAN
NCL 10 £5
NCLT
10 5 o : Figure|B.1a
AMN . —
MS MT
EUT = Luminaire
+
to M . Cable length 80 +5 R
)
. G « .
NCL via AAN ~_ Figure B.1b
EUT H
MS via AMN 7 ©
P
EUT =)internal / mounted / replaceable module
. C
MS via AMN \
® Figure|B.1c
E UT = Self ballasted lamp
(measured inside the
conical housing)
IEC
Key
AMN Artificial mains network H Host (see NOTE)
AAN Asymmetric artificial netwgork a-b Supply terminals
MS Mains supply c-d Control terminals
M Measuring receiver C Conical metal housing
MT Mains supply términal E Earth terminal
NCL Network control line IP Piece of insulating material (see NOTE)
NCLT | Networkicontrol line terminal
See Figure/B\3*for details on the arrangement and the possible orientations with respect to the RGP.
For capledengths of the mains supply cables, see B.2.1 and for cable lengths of other than mains supply gables,

see B.2.2 and Clause B.3.

NOTE The host is often realized by assembling the parts of the host on a wooden plate. Strictly speaking, the IP
is not required, but optional, for convenience of making a host.

Figure B.1 — Circuit for measuring conducted disturbances from a luminaire
(Figure B.1a), an internal/mounted/replaceable module (Figure B.1b) and a single
capped self-ballasted or independent non-gas-discharge lamp Figure B.1c)
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Dimensions in centimetres

Cable length: see Clause B.2

toM >!
> Cable length: see
PREECN ; Clause B.3
an s
NCL ,
10 45! | 1015 !
NCLT j—»! |[——!
' ' AuxEq
10 +5 —| &y o——-- —
\
1 AMN EUT = ] L
MS T =F TCP
P Cable length 80 5 R -
to M N g H
vpi
p :
c toM toM
E
b A
a Inline devices
AAN
i
EUT
AMN Load
IEC
Key
a-b Supply terminals MS Mains supply
c—d Control terminals MT Mains terminals
AAN Asymmetric artificialnetwork NCL Network control line
AMN Artificial mains network NCLT  Network control line terminal
CP Current prob€ RC Remote control (if any)
E Earth terminal VP Voltage probe
L Load
LT l0ad terminals
M EISPR measuring receiver (for AMN and AAN: replace by 50 Q if not connected)

The earth of the measuring receiver and the earth terminal of the EUT shall be connected to the AMN ground.

For load terminal voltage measurement, the length of the coaxial cable between the probe and the measuring
receiver shall not exceed 2 m.

Where an inline device is inserted in only one lead of the supply, measurements shall be made by connecting the
second supply lead as indicated in the lower figure.

See Figure B.3 for details on the arrangement.

Figure B.2 — Circuit for measuring conducted disturbances from an external module
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EUT

——————
AMN

————

Caale Ieng%h 80

RGP
Top view
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Dimensions in centimetres

Optical window

\ oL EUT
> 80 v e
\‘:) o / base
[ ]
o
<
RGP I

Side view (of EUT only)

RGP

AAN =

EUT

Cable length 80

Top view

RGP

40

—————
AMN

————

EUT

S
Cable length 80

Top view

See Fig
the RGP and arrangement of the cables.

Figure B.3a — Horizontal RGP setup (option 1)

RGP

IEC

Dimensions in centifnetres

40 [ai”

-- (EUT

~~e

o
@
Al

Figure B.3b — Verticak RGP setup (option 2)

RGP

Side view (of EUT only)
IEC

Dimensions in centifnetres

-
-
-

>80

Figure B.3c — Vertical RGP setup (option 3)

gure B.1, Figure B.2 and Clause B.5 for details on the measuring circuits, bonding of the AAN and A

Side view (of EUT only) EC

MN to

Figure B.3 — Measuring arrangements for conducted disturbances (see Clause B.5)


https://standardsiso.com/api/?name=35d24fbee616a3315a417347a006c2d1

CISPR 15:2018 © IEC 2018 - 57 -

Annex C
(normative)

Test arrangements for radiated disturbance measurements

C.1 General

This annex gives test arrangements for radiated emission measurements of the EUT on an
OATS, SAC or FAR in accordance with CISPR 16-2-3.

C.2 | Arrangements of electric power supply cables

When the OATS or SAC measurement method is applied, to improve the reproducibility, the
mains$ supply cable of the EUT should be terminated with a CDNE bonded~to the refergnce-
ground plane and the receiver port of the CDNE terminated with a 50 Q impedance.

C.3 | Arrangement of cables other than electric power supply cables

Apply CISPR 16-2-3 for arrangement of cables other than electric power supply cables.

C.4 | Arrangements of EUT, auxiliary equipment'and associated equipment

C.4.1 General

Gengdral principles for arranging the EUT, auxiliary equipment and associated equipment as
specified in CISPR 16-2-3 apply for the sradiated disturbance measurement methodq that
apply| (Table 12).

Exanlples for the arrangement of -EUT, auxiliary equipment and associated equipment are
given| for the following cases:
- Iu|:ninaires; see Figure C(3;

ernal, mounted and'replaceable modules; see Figure C.4;

— external modulesisee Figure C.5.
C.4.2 EUT arrangements for table-top, wall-mounted or ceiling-mounted applicatjons

Figure C.1.gives examples of the arrangement of the EUT for table-top, wall-mountéd or
ceiling-mounted applications. The positioning table depicted in Figure C.1 is the standard
positioning table of 0,8 m height that is used in radiated emission measurements.

Cc.4.3 EUT arrangements for floor-standing and pole-mounted applications

Figure C.2 gives the arrangement of the EUT for floor-standing and pole-mounted
applications. The positioning table depicted in Figure C.2 is the standard positioning table of
0,8 m height that is used in radiated emission measurements.

C.5 Loading and termination of cables

As a general principle, all cables of the EUT that are subject to the radiated disturbance tests
shall be terminated and loaded, as indicated in 7.9. Electric power supply cables should be
terminated with a CDNE in accordance with Clause C.2.
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Typical applications Arrangement during measurement

Ceiling mounted/pendant luminaires

% ™ o/

IEC

IEC

Wall mounted luminaire

Wall

IEC
IEC

Tablg luminaire

Table

IEC

IEC

Figure C.1<\EUT arrangement of ceiling-, wall-mounted and table-top applications
during the radiated (OATS, SAC or FAR) disturbance measurement
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Typical applications Arrangement during measurement

Floor standing luminaire

W -

IEC

IEC

* Insulating support up to 15 ¢cm high

Pole mounted luminaire

W %7

IEC

Figure C.2 — EUT arrangement of floor-standing and pole-mounted applicationg
during the radiated)(OATS, SAC or FAR) disturbance measurement

. EUT AuxEq: non-conductive
AuxEq: 80 cm mains setup table
cable \ /
N

Reference
ground plane \

or bonding

point (part of

test facility) AuxEq: presence detector

\ /
AuxEq: CDNE with 50 Q AE: mains
termination connection

IEC

Figure C.3 — Example of arrangement of a luminaire during the radiated
(OATS, SAC or FAR) disturbance measurement
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AuxEq: host formed by housing,
cabling and load

AuxEq: non-conductive

AuxEq: 80 cm mains EUT setup table
cable |_|_|_l_|/
Reference
ground plane N
or bonding
point (part of ™ AuxEq: CDNE with 50 Q
Lesl'fa'ci'ﬁty; ] termination
< |
1
B ]
AE: mains
connection

IEC

Figure C.4 — Example of arrangement of an internal module during the radiated
(OATS, SAC or FAR) disturbance measurement

AuxEqg{ non-conductive

AuxEq: 80 cm mains setup table
cable EUT /

Reference i i AuxEgq: formed by control units,
ground plane cabling, sensors and load

(part of test ]
facility) AN ‘///
LT
O
L]

B R R o ]

AuxEq: CDNE with 50 Q AE: mains

termination connection
IEC

Figure C.5 — Example of)/arrangement of an external module during the radiatec
(OATS, SAC or FAR) disturbance measurement
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Annex D
(informative)

Examples of application of limits and test methods

General

A number of examples are given in this annex to explain the methodology described in
Clause 5, Clause 6 and Figure 4 to find the requirements that apply for a certain EUT.

D.2

D.2.1

The H
The 1
be 1(
load
routir

D.2.2

An o

Case 1: Power controlgear with remote battery connection

EUT description

FUT is a light source driver that can be connected to a remote batteryunit or a DC
nhaximum dimension of the EUT is 25 cm. The length of the DC power supply cablg
m maximum. A generic LED light source of maximally 75 W can*be connected {

nterface of the driver with a twin wire of maximally 2 m. There is no restriction o
g of the two leads over the load cable (they may run separately). See Figure D.1.
Solar panels
EUT
Electric power supply Electric power load
cable 10 m maximum cable 2 m maximum
Remote battery unit Power controlgear LED light source
IEC
Application 1
DC-grid EUT
Electric power supply Electric power load
cable 10 m maximum cable 2 m maximum
Power controlgear LED light source
‘ IEC
Application 2

Figure D.1 — Case 1 EUT

Interfaces, ports and limits

berview of the interfaces of the Case 1-EUT, the associated ports and the limits

-grid.
may
o the
n the

that

apply

I1s given in Table D.1.
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Table D.1 — Case 1: Summary of interfaces, applicable ports and limits
Interface Port Reason Limits Test method
Enclosure + Enclosure port Default Table 10 One of the optional
cables > 30 MHz radiated methods
Enclosure port Leads of the load Table 8 LAS method (EUT
< 30 MHz cable may run size < 1,6 m) with
separately (see load interface
5.3.4.1) having 1 m< loop
area
Electric No local wired port; Cable length is less Table 10 Radiated test is
powerload Enclosure port than 3 m' hence cable already done (see
> 30 MHz shall be connected to above)
a load during radiated
test applying (see
Clause C.3)
DC input Application 1: Interface not directly Table 1 limits which See\8:2
. connected to a are more severe
Local wired port network, but length > (starting at 9 kHz)
3m than Table 5 or
. Table 6 limits;
Application 2: Interface connected t0 | hence this interface
a network i ;
Wired network t is tested against the
tred hetwork por limits of Table 1
(see5:8,6)
D.3 | Case 2: Universal presence and light detector
D.3.1 EUT description

The EUT is an independent presence and light detector. The sensor detects the presen

persd
modu
The 9

conngction to the load that is switched. An optional interface (for installations) is prese

coupl

Maximum length of each cahle that can be connected to the sensor is 100 m. The sche
diagram is given in Figure D.2.

D.3.2

For the two possible application scenario’s, the EUT can be considered as an indepe

intern

applications a test is to be executed (6.4.2). An overview of the interfaces of the Case 2-

the a
and

ns and measures the intensity of dight. The sensor can be applied as an indepe
le for installation in luminairessorfor separate application in a ceiling (an installg
ensor has an interface for connéection to the mains network and it has an interfag

ing other sensors of the{ same type for extension of the sense area (slaved sen

Interfaces;ports and limits

al module (6.4.3), and as an independent external module (6.4.4). For each of

sociated ports and the limits that apply for the two applications, is given in Tabl

ce of
ndent
tion).
e for
nt for
5Or's).

matic

hdent
hese
EUT,
e D.2

able D.3.
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Electric power
supply cable 100 m
maximum

— 63 -
EUT
N
Light source
Sensor
—— |

Mains network

Controlgear

Electric power
supply cable 100 m
maximum

EUT
N

Application 1: Inside a luminaire

Luminaire

IEC

Optional: connection to other
sensors (slaves): 100 m maximum

o
OCITSOT

Control cable 100 m
maximum

Lighting equipment
e.g luminaires

Application 2: Independent sensor in an installation

Lighting equipment

e.g luminaires

Figure D.2 — Case2°EUT

IEC

Tabje D.2 — Case 2 — Application 1: Summary’of interfaces, applicable ports and lifnits
Interface Port Reason Limits Test method
Enclgsure Enclosure port Defallt Table 10 One of the optignal
port > 30 MHz radiated methods

No enclosure port Inside the sensor no N.A. N.A.
< 30 MHz large loop current are
present and the wires
of the power supply
cable run together
(see 5.3.4.1)
Electric Network (port Interface connected to Table 1 See Clause B.5
power a network (the mains ) .
supply cable power supply) Measuring circyit:

see Figure B.14

Arrangement: o
the three option
from Figure B.3|

he of

[
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Table D.3 — Case 2 — Application 2: Summary of interfaces, applicable ports and limits

Assessment Port Reason Limits Test method
Enclosure Enclosure port Default Table 10 One of the optional
port > 30 MHz radiated methods
No enclosure port Inside the sensor no N.A. N.A.
< 30 MHz large loop current is
present, and the wires
of the power supply
cable run together
(see 5.3.4.1)
Electric Network nort Interface connected to Table 1 See Article B 5
power a network (the mains Measuring ciralit:
bl | :
supply cable power supply) see Figure.B:2
Arrapgement: ophe of
thenthree options
from ‘Figure B.3|
Contyol Local wired port Interface indirectly Table 5 or Table 6 See 8.5.2.2, 8.3.2.3,
cablg 100 m connected to a B.3.2.b) and
maximum network (the mains Figure B.2 and
power supply) through apply the suppdrt
the load plate of Figure A.6.
Slave mode Local wired port Interface is not Table S orTable 6 See 8.5.2.2, 8.3.2.3,
interflace connected to a B.3.3 and
(connection network; however its Figure B.2 and
to other length is >3 m apply the suppdrt
sensoQrs) plate of Figure A.6.
D.4 | Case 3: Driver with three load interfaces
D.4.1 EUT description
The EUT is an independent LED driver for use in installations. The LED driver is {o be
conngcted to the mains (220 V t0.240 V). The driver can be controlled (switching, dimming)
usingl a DALI interface for connection to a DALI bus (network). An additional interface is
presgnt for connection of am gptional NTC thermistor inrush current limiter. An array off LED
light sources can be connected to each of the three load interfaces (24 V). The maxjmum
length between the driverand each array of LED light sources is 4 m. A temperature control
interface can optionally\be added to monitor the temperature of the light sources conngcted.
In theg latter case, the)temperature control leads and the load leads are combined in one pable
for each of the three load interfaces. The length of this temperature control interface i also
4 m maximum=Fhe individual wires within each cable connected to the driver (power supply
cable, each<oad cable and control cables) are to be routed together. The schematic diagram
is given in'\Figure D.3.

D.4.

Interraces, ports and limits

An overview of the interfaces of the Case 3 — EUT, the associated ports and the limits that
apply is given in Table D.4. The EUT can be considered as an independent external module
(6.4.4).
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EUT Load cable e
Electric power supply !
cable (L,N,E) | [N ! Light source
DALI network connection LED driver Light source
==l -
U | Light source
Inrush current :. .....................
suppressor
(optional) Temperature
control (optional)
IEC
Figure D.3 — Case 3 EUT
Table D.4 — Case 3: Summary of interfaces, applicable ports and limits
Assegssment Port Reason Limits Test method
Enclgsure Enclosure port Default Table 10 One of the optignal
port > 30 MHz radiated methods
No enclosure port The driver N.A. N.A.
< 30 MHz specification does not
allow large loops (see
5.3.4.1)
Electric Network port Interface connected to Table*1 See Clause B.5
powdr a network (the mains Measuring circit
s cable ower suppl url Ireyit.
upplY pow upply) see Figure B.2
Arrangement: ohe of
the three options
from Figure B.3|
Each| of the Local wired port Each interface is not Table 5 or Table 6 It is sufficient tq test
three connected“to a one of the thred
electfic network but its length load ports as they
power load islatger than 3 m. are of the same]
cablds 4 m kind; see 5.3.5.
maxijnum
Temperature | Local wired port Each interface is not Table 5 or Table 6. The conducted
contrpl connected to a . disturbance of this
interface network but its length Limits of Table 6 are | jytorface is
is larger than 3 m. most practical as measured together
with the current with the disturbpance
probe method, a from the load port
single measurgment by using the
can be done with current-probe
the power load method.
cable and the
temperature control
cable.
Interface~for Enclosure port Interface is not Table 10 Radiated test i
connection > 30 MH= connected to o alrnarly done (e e
inrush network and its length above)
current is less than 3 m.
limiter
DALI Network port Interface is connected Table 2 or Table 3 See 5.3.2.2.
interface to a DALI network

(4.3.2).
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Case 4: Ethernet powered OLED

EUT description

CISPR 15:2018 © IEC 2018

The EUT is an OLED luminaire of which the power is delivered through an Ethernet CAT 5
interface having a length of maximally 15 m. No other wired interfaces are present. See

Figure D .4.
Cat 5 Ethernet EUT
cable; 15 m
maximum OLED luminaire
Network |——
switch
Mains power
IEC
Figure D.4 — Case 4 EUT
D.5.2 Interfaces, ports and limits
An overview of the interfaces of the Case 4-EUT, thecassociated ports and the limit§ that
apply|is given in Table D.5.

Table D.5 — Case 4: Summary of interfaces, applicable ports and limits
Assgssment Port Reason Limits Test methold
Enclgsure Enclosure port Default Table 10 One of the optignal
port > 30 MHz radiated methods

No enclosure port The Ethernet wire N.A. N.A.
< 30 MHz specification does not
allow separation of
individual wires; no
external loops are
present. Also within
the luminaire no large
loops with high
currents (OLED
technology) are
present (see 5.3.4.1)
Ethernet Network port Interface is connected Table 2 or Table 3 See 5.3.2.2.
interflace to an Ethernet network
switch (4.3.2).
D.6 Case 5: Stand-alone occupancy-daylight sensor

D.6.1

EUT description

The EUT is a simple stand-alone combined daylight sensor, movement detector and controller
which can be connected to maximally two AC fed luminaires of a specific type. The sensor
enables switching or dimming of the luminaire depending on local presence of persons and
the level of daylight. The two control interfaces to the luminaire are balanced three-lead wired
interfaces and a proprietary protocol for controlling those luminaires is used. The same
interfaces also provide the necessary power to the sensor. The length of each control
interface is limited to 2,5 m maximum. The schematic diagram of the application is given in
Figure D.5.
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EUT
Stand-alone
occupancy-daylight
Proprietary control sensor
interface 2,5 m
maximum T~
Mains power N e

AC | |

( Luminaire 1 \ ( Luminaire 2 \
IEC
Figure D.5 — Case 5 EUT
D.6.2 Interfaces, ports and limits

An overview of the interfaces of the Case 5-EUT, the associated ports and ¢he”limit§ that
applylis given in Table D.6.

Table D.6 — Case 5: Summary of interfaces, applicable ports-and limits

Ass¢gssment Port Reason Limits Test methold
Enclgsure Enclosure port Default Table 10 One of the optignal
port > 30 MHz radiated methods
No enclosure port Both the EUT itself NA. N.A.
< 30 MHz and the two wired
interfaces will not
cause large dipole
moments.
(see 5.3.4.1)
Each| of the Local wired port Interface is indirectly Table 5 or Table 6 It is sufficient tq test
two dontrol connected\to a one of the two Ipad
interffaces network (it'is ports as they are of
connécted to a the same kind; fee
lyminaire, which is 5.3.5.
connected to an AC
mains network)
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Annex E
(informative)

Statistical considerations in the determination
of EMC compliance of mass-produced products

General

2018

CISPR limits have been developed, taking into account the inherent variability of the EMC
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recommendation that, for type approval of mass-produced equipment on a statistical bagis, at

least
least
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Type
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b) F

Subs
prody

E.2

The 1{

appli
CISP
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test

meagurement method that apply for the EUT.

The €
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80 % confidence.

Further information on the various methods for statistical evaluation of mass-produced equipment
n CISPR TR 16-3 [5]2 and CISPR TR 16-4-3 [3].

tests are generally made on units which are representdtive of mass-prog
ment.

dingly, type tests should be made either:

5, or

br simplicity’s sake, on one unit only.

equent tests are recommended from timéet6 time on equipment taken at random
ction, especially if option b) above has been followed.

Test method based on a general margin to the limit

tation of the statistical.\method using a general margin to the limit as outlin
R TR 16-4-3 [3].

5 type test method, the disturbance x(f) is measured for each of n items (n > 3) ¢
sample as a“function of the frequency f for each of the limits and assod

hnt [imit when the measured disturbance values x;(f) of all individual items of the sg

n a sample of at least 3 units, according to one of.the methods given in Clause B

80 % of the mass-produced equipment should comply with the disturbance limits' wjith at

an be

uced

.2 to

from

ype test method for condueted or radiated disturbance measurements can be bas¢d on

ed in

f the
iated

quipfment that is type tested using this method can be expected to be compliant with the
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of the sample-size dependent margin M,, given in Table E.1:

2 Nu

x(f)+ My, < L(f), for each item 1<i<n,

mbers in square brackets refer to the Bibliography.

alue
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Table E.1 — General margin to the limit for statistical evaluation

Sample size (n) 3 4 5 6

General margin M to the limit (dB) 3,8 2,5 1,5 0,7

NOTE The values in Table E.1 are based on a standard deviation of 6,0 dB assumed for the disturbances, caused
by equipment in the scope of this document. For further information, see CISPR TR 16-4-3 [3]. It is important that
the manufacturer of mass products verifies whether the assumption of the expected standard deviation of the
product is valid or not.

Since

in reality the standard deviation in most cases will be lower, it is recommended t

use

one ¢

In Ta
binon

E.3

E.3.1

The {

appli
CISP
levelq

f the methods in Clause E.3 or E.4, when this method of Clause E.2 fails.

hial distribution method is more suitable as described in Clause E.4.

Test method based on the non-central t-distribution

Practical implementation by using frequency sub-ranges

ype test method for conducted or radiated disturbance megasurements can be bas
tation of the statistical method using the non-central t-distribution as outlin
R TR 16-4-3 [3]. The t-distribution method calculates,the highest measured disturh
at distinct frequencies in the frequency range appticable for the particular disturk

mea

— the limit levels vary over the frequency range;

-t
in

for a
devi
the li

wher

d(f)

For t:Lis reason, in practice, the methed\is to be applied by dividing the whole frequency

urement method. In practice however, a number(of difficulties may arise:

dividual units of a sample.

mit level as a function of frequency as follows:

A1

is thedifference between the disturbance level and the limit level (relative disturh
level-at the specific frequency f in dB;

x(f)
L(f)

is the measured disturbance level in dB(uV), dB(uA), dB(nA/m) or dB(uV/m);

ble E.1, values are given only for a sample size up to n = 6. For a larger sample siz¢, the

d on
d in
ance
ance

e frequencies at which the highest disturbance levels are measured vary for the

ange

particular measurement method”into subranges. The average value and the stapdard
ion are then calculated using the measured disturbance levels that are normalisgd to

(E.2)

ance

is the disturbance limit at the specific frequency in dB(nV), dB(pA), dB(nA/m)

or dB(nV/m).

The relative disturbance level d(f) is calculated as a function of frequency. The difference is
negative where the measured value is below the limit and positive where it is above the limit.

For all n items in the sample (label i), the maximum values of the relative disturbance

level

d(f)is calculated as follows for each of the frequency sub-ranges specified in E.3.2:

d; =max{d(/)}

(E.3)
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The equipment that is type tested using this method can be expected to be compliant with the
relevant limit when the following condition is met for the maximum relative disturbance level
d; in each of the subranges that apply for the particular measurement method:

d + ks, <0 (E.4)

where

d is the arithmetic mean of the maximum relative disturbance values d; of each of the n

Q=134 (E.5)

sy is|the standard deviation of the maximum relative disturbance values 4, of n items in the
sample calculated as follows:

sn2=i(di—c7)2/(n—1) (E.6)
i=1

k is|the factor derived from tables of the non-central t-distribution which ensures, with |80 %

confidence, that 80 % or more of the productien."are below the limit L; the value |of k
dtpends on the sample size n and is stated in.Table E.2.

Table E.2 — Sample size and corresponding k factor in a non-central t-distributign
n 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
k 2,04 1,69 1,52 1,42 1,35 1,30 1,27 1,24 1,21 1,20

E.3.2 Frequency sub-ranges

The statistical evaluation,given in E.3.1 should be carried out separately for the follpwing

frequency sub-ranges:
91kHz to 50 kHZz;

e 50 kHz to150 kHz;
190 kHzto 500 kHz;

e 5p0kHz to 5 MHz;

e 5 MHz to 30 MHz;

e 30 MHz to 100 MHz;

e 100 MHz to 230 MHz;

e 230 MHz to 300 MHz;

e 300 MHz to 500 MHz;

e 500 MHz to 1 000 MHz.

NOTE The frequency sub-ranges have been chosen such that the boundaries coincide with the frequencies where
the limit curve shows a transition or a discontinuity. In case of large ranges, also additional sub-ranges are applied.

The test may fail due to artefacts in the results that may occur due to start and stop
frequencies of frequency sub-ranges. The cause of those artefacts is explained in E.3.3.
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E.3.3 Data distortion occurring at a sub-range boundary

If all measured values are under the limit and the test failed only due to a large standard
deviation, then it should be investigated whether this large standard deviation has been
caused by a maximum of x; at the borderline between two frequency sub-ranges. In this case,
the evaluation should be done according to Clause E.4.

Figure E.1 illustrates the possible difficulties if a maximum of the measured disturbances
occurs at the borderline of two frequency sub-ranges. "U" is the measured disturbance
voltage; "f" is the frequency. Here two units with different characteristics out of a sample are

shown.

For

broadband disturbances, the value of the maximum as well as the frequency of

the ct—can—tn at1g€ v v O—t — x a OW gt 3 v W Jnit1
and dnit 2 of a sample are typical. The average value and standard deviation is calcylated
from the maximum disturbance levels all units (of which two are shown) for each sub=range. In
this jexample, the calculated standard deviation is much higher for subrange 1 |than

subrgnge 2 (e.g. consider how different the values of x, and x, are at the bordetline). Alth

the a
large
fulfilli
way

concl
evalu
boun

verage for subrange 1 is much lower than subrange 2, after taking intorconsideratio

ng the criterion on Equation (E.4). Since this is simply a consequénce of the arb
in which the frequency sub-ranges have been defined, nof statistically mean

E\tion in a newly defined subrange such that occurrence of qmaximum values at sub-
Jaries is avoided.

Frequency
subrange

Frequency
subrange

ough
n the

value of S multiplied by the factor from Table E.2, in rare cases this could lead o not

itrary
ngful

sion can be drawn regarding compliance. In this case, it is recommended to repeat the

ange

Figure E!1 — lllustration of difficulties in case the maximum value
of the disturbance is at the boundary of a sub-range

E.4 | Test‘method based on the binomial distribution

The type test method for conducied or radiated disturbance measurements can be based on
application of the statistical method using a binominal distribution as outlined in
CISPR TR 16-4-3 [3]. This method is based on the verification of the condition that from a test
sample of size n, the number of units that generate a disturbance level above the applicable
limit do not exceed ¢, as given in Table E.3.

Table E.3 — Application of the binomial distribution

14 20 26 32

c 0 1 2 3 4
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E.5 Application of larger sample size

Should the test on the initial sample not fulfil one of the Clauses E.2, E.3 or E.4, then more
units may be tested and the result combined with those from the first sample. The combined
result can then be checked for the larger sample size.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

2018

COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

LIMITES ET METHODES DE MESURE DES PERTURBATIONS
~ RADIOELECTRIQUES PRODUITES PAR LES APPAREILS
ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE ET LES APPAREILS ANALOGUES

La

composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I}|EC): L'IEC
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les dor|

de

internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessib
public (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sUjet‘traité peut participg

org

également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Le$ décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions t€chniques représentent, dans la n

du

interessés sont représentés dans chaque comité d'études.

Le

commme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les\efforts raisonnables sont entrepris afin qu
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responsg

I'é

et
régd

L'lEC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépe

foy
co
ind

Tops les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatior].

Au
mg
na
do
de
toy
L'al
réf]
L'a
I'ol

D?s le but d'encourager l'uniformité internationale,~les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans t
mes

AVANT-PROPOS

Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de [pormal

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, I''EC - entre autres activités =\/publie des N

anisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, ehn_ligison avec I'lEC, part

sation
B pour
haines
ormes
es au
a des
r. Les
cipent
(1S0),

hesure

possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux d¢ I'lEC

Publications de I'lEC se présentent sous la forme de regommandations internationales et sont a

entuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en_esi'faite par un quelconque utilisateur final.

ure possible, a appliquer de fagon transparente‘les Publications de I'lEC dans leurs publications nati
régionales. Toutes divergences entre toutes“Publications de I'lEC et toutes publications nationa
ionales correspondantes doivent étre indiquéés en termes clairs dans ces derniéres.

rnissent des services d'évaluation de~conformité et, dans certains secteurs, accedent aux marqgy
formité de I'lEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certif|
épendants.

cune responsabilité nefl dbit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliair
ndataires, y compris, 's€s experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des C
ionaux de I'lEC, pdur tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tou

jréées
b I'IEC
ble de

ute la
bnales
es ou

hdants
es de
cation

es ou
pbmités
autre

hmage de quelqgde“nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris lgs frais

justice) et les{dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de I''EC
te autre Publication de I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

ttention est.attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publi
Erencées\est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

ttention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuver

ou de

ations

t faire

jet_de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels| droits

de

brevets et de ne pas avoir signale leur existence.

La Norme internationale CISPR 15 a été établie par le sous-comité CIS/F: Perturbations
relatives aux appareils domestiques, aux outils, aux appareils d'éclairage et aux appareils
analogues, du comité d'études CISPR de I'lEC: Comité international spécial des perturbations
radioélectriques.

Cette neuvieme édition annule et remplace la huitieme édition parue en 2013 et son
Amendement 1:2015. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) révision et restructuration éditoriale complétes;
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b)
c)

d)

Le texte de cette norme internationale est issu des*documents suivants:

suppression de la restriction concernant I'alimentation par le réseau et sur batterie dans le
domaine d'application;

introduction de limites de perturbations rayonnées dans la plage de fréquences comprises
entre 300 MHz et 1 GHz;

modification des limites aux bornes de sortie et des limites CDNE (alternative aux
émissions rayonnées);

suppression des exigences de perte d'insertion et de I'Annexe A associée;

introduction de trois accés de base: accés réseau cablés, accés cablés locaux et accés
par I'enveloppe;

mplacement de I'Annexe B (CDNE) par des références a la série de normes CISPR|16;

ajout d'une méthode de mesure des perturbations conduites pour les lampes a bpllast
ajout d'une méthode de mesure par sonde de courant et de limitesCpour différents types

roduction du terme "module" (a la place du terme "appareilcauxiliaire indépendant") et
¢S exigences pour la mesure des modules a l'aide d'un systeme (de référence) hote

odification des spécifications concernant les durées de<dstabilisation des EUT;

m
pour les EUT de grandes dimensions (> 1,6 m), ajout d'une méthode de mesure du champ
magnétique a l'aide d'une antenne-cadre de 60 cm-a ‘une distance de 3 m (méthode|de la
CISPR 14-1) ala place de laLAS a3 met 4 m.

FDIS Rapport de vote
CIS/F/733/FDIS CIS/F/736/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote pyant

abouti a I'approbation de cette,norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le

comité a décidé~gue le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de

stabilité indiquée/suf le site web de I''EC sous "http://webstore.iec.ch" dans les dornnées

relatiyes a la publication recherchée. A cette date, le document sera

r¢conduit,
Slllppl’imé,
remplace par une edition révisée, ou

amendé.

Le contenu de la feuille d’interprétation de novembre 2019 a été pris en considération dans
cet exemplaire.

IMPORTANT - Le logo "colour inside"™ qui se trouve sur la page de couverture de
cette publication indique qu’'elle contient des couleurs qui sont considérées comme
utiles a une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par
conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.
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LIMITES ET METHODES DE MESURE DES PERTURBATIONS
~ RADIOELECTRIQUES PRODUITES PAR LES APPAREILS
ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE ET LES APPAREILS ANALOGUES

Domaine d'application

2018

Le présent document concerne I'émission (rayonnée et conduite) des perturbations

radiofleciriques:

Les gppareils suivants sont exclus du domaine:d‘@pplication du présent document:

dIS appareils d'éclairage (3.3.16);

d¢ la partie éclairage des appareils a fonctions multiples lorsque celle-ci estyunhe fornction
pfimaire;
NOTE 1 |l s'agit, par exemple, d'appareils d'éclairage a communication par lumiere visible et d'appareils

bclairage artistique.

d

des appareils a rayonnement ultraviolet et infrarouge destinés aux applica
domestiques et non industrielles;
d

€s enseignes publicitaires;

NOTE 2 |l s'agit, par exemple, des enseignes publicitaires au néon.

dI I'éclairage décoratif;

dés enseignes d'urgence.

lels composants ou modules destinés a*€tre intégrés dans des appareils d'éclairage
n¢ sont pas remplacables par l'utilisateur;
NOTE 3 Pour les appareillages intégrés,_se référer a la norme CISPR 30 (toutes les parties).

leis appareils d'éclairage fonctionnant dans les bandes de fréquences ISM (telleg
definies dans la résolution©3(1979) du Réglement des radiocommunications de I'UIT|

lels appareils d'éclairage” des aéronefs et des installations aéroportuaires (p
installations de service,/plateformes);

lefs enseignes video;
lefs installations;

le équipements pour lesquels les exigences relatives a la compat
électromagnétique dans la plage de radiofréquences sont formulées de maniere exj
dans.d'dutres normes CISPR, méme s'ils possédent une fonction d'éclairage intégrée

tions

bt qui

que

stes,

bilité
licite

NQTE4 Des exemples d'exclusions sont donnés ci-dessous-

— les équipements de dispositifs a éclairage intégré destinés au rétroéclairage, a I'éclairage d'échelle
signalisation;

— les affichages SSL;
— les hottes de cuisine, les réfrigérateurs, les congélateurs;

— les photocopieurs, les projecteurs;

etala

— les appareils d'éclairage destinés aux véhicules routiers (domaine d'application de la norme CISPR 12).

La plage de fréquences couverte est comprise entre 9 kHz et 400 GHz. Aucune mesure n'est
nécessaire aux fréquences pour lesquelles aucune limite n'est spécifiée dans le présent
document.

Les appareils a fonctions multiples qui sont simultanément couverts par différents articles du
présent document et/ou d'autres normes doivent satisfaire aux dispositions de chaque
article/norme, les fonctions concernées étant en fonctionnement.
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Pour les équipements qui ne relévent pas du domaine d'application du présent document et
qui comportent un éclairage comme fonction secondaire, il n'est pas nécessaire d'évaluer
séparément la fonction d'éclairage selon le présent document, a condition que la fonction
d'éclairage soit en fonctionnement lors de I'évaluation conformément a la norme applicable.

NOTE 5 Les équipements dotés d'une fonction d'éclairage secondaire peuvent étre, par exemple, des hottes de
cuisine, des ventilateurs, des réfrigérateurs, des congélateurs, des fours et des télévisions dotées d'un éclairage
ambiant.

Les exigences d'émissions rayonnées indiquées dans le présent document ne s'appliquent
pas aux transmissions intentionnelles provenant d'un émetteur radio telles que définies par
['UIT ni aux rayonnements non essentiels liés a ces transmissions.

Dans| le reste du présent document, a chaque fois que le terme "appareil d'éclairagé¢" ou
"EUT[' est utilisé, il désigne un appareil d'éclairage électrique ou analogue (relevant du
domdine d'application du présent document comme spécifié dans le présent article.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralité ¢u en
partig, dans le présent document et sont indispensables pour 'son application. Poyr les
référgnces datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la defniére
éditign du document de référence s'applique (y compris les_éventuels amendements).

IEC 40038, Tensions normales de I'lEC

IEC p0050-161, Vocabulaire Electrotechnique Ilaternational — Chapitre 161: Compatbilité
électromagnétique

IEC §0050-845:1987, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitrd 845:
Eclaifage

IEC §0061-1, Culots de lampes. ‘et douilles ainsi que calibres pour le contrblg de
I'intefchangeabilité et de la sécutité — Partie 1: Culots de lampes

D

IEC §0081, Lampes a fluorescence a deux culots — Prescriptions de performance

IEC §0598-1:2014,Luminaires — Partie 1: Exigences générales et essais
IEC §0598-1:2014/ANMD1:2017

IEC §0921,Ballasts pour lampes tubulaires a fluorescence — Exigences de performances

IEC §1000-4-20:2010, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-20: Technfques
d'essar et de mesure — Essals d'emission et dimmunite dans les guides donde TEM

IEC 61195, Lampes & fluorescence a deux culots — Prescriptions de sécurité

IEC 62504:2014, Eclairage général — Produits & diode électroluminescente (DEL) et
équipements associés — Termes et définitions

CISPR 16-1-1:2015, Spécification des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-1:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques — Appareils de mesure
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CISPR 16-1-2:2014, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-2:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations
radioélectriques — Dispositifs de couplage pour la mesure des perturbations conduites

CISPR 16-1-4:2010, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-4:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations
radioélectriques — Antennes et emplacements d'essai pour les mesures des perturbations
rayonnées

CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012

CISPR18=tA42010/rAMD22017

CISPR 16-2-1:2014, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure| des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques-="Parti¢ 2-1:
Méthpdes de mesure des perturbations et de l'immunité — Mesures des\ ' perturbgtions
conduites

CISPR 16-2-1:2014/AMD1:2017

CISPR 16-2-3:2016, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure| des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations/radioélectriques — Parti¢ 2-3:
Méthpdes de mesure des perturbations et de I'immunité —(Mesuragess des perturbations
rayonnées

CISPR 16-4-2:2011, Spécifications des méthodes, et des appareils de mesure| des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Parti¢ 4-2:
Incertitudes, statistiques et modélisation des.\ limites — Incertitudes de mesureé de
I'instlumentation

CISPR 16-4-2:2011/AMD1:2014

CISPR TR 30-1:2012, Test method on. electromagnetic emissions — Part 1: Electronic control
gear for single- and double-capped fluorescent lamps (disponible en anglais seulement)
CISPR 32:2015, Compatibilité étectromagnétique des équipements multimédia — Exigences
d'émission

ISO/IEC 17025:20051, (Exigences générales concernant la compétence des laboratoires
d'étalonnages et d'esSais

3 Termes, définitions et termes abrégés

3.1 | Généralités

Pour Hes—beseins—du—présent—decument—les—termes—et—définitions—deHEG-66050-461, de
I'"EC 62504 et de I'lEC 60050-845, ainsi que les suivants s'appliquent

L'ISO et I'lEC tiennent & jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |EC Electropedia: disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp

1 Cette édition a été remplacée par I'lSO/IEC 17025:2017 mais I'édition citée s'applique.
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3.2

3.21
base

Termes et définitions généraux

du luminaire

surface de montage du luminaire lors de I'utilisation normale, en général le c6té opposé de la
fenétre optique

3.2.2

fréquence d'horloge
fréquence fondamentale de tout signal utilisé dans I'EUT a l'exclusion de ceux générés a
I'intérieur des circuits intégrés (Cl) et qui sont uniquement utilisés a l'intérieur du méme CI

SanS étlU GU\JUOOIb:UO dUPUIO :'U/\tél;cul, Ut d :lUI\U:UO;UII dU UUUA utl:loéo UI\\J:UO;VUIIIUIIt pOUr
les fgnctions d'émission radio ou de réception radio

Note 1| a I'article: De hautes fréquences sont souvent générées a l'intérieur des circuits intégrési(Cl) ppr des
circuity comportant une boucle a verrouillage de phase (PLL, Phase-Locked-Loop) a partirpde’fréquenges de
I'oscillpteur d'horloge plus basses en dehors du CI.

3.2.3

trés basse tension

TBT

tensiopn ne dépassant pas 50 V en courant alternatif ou 120 Vi\-en courant continu|sans
ondulation entre conducteurs ou entre tout conducteur et la terre (domaine de tension(1 de
I''EC [60449) appliquée aux interfaces de charge fournissant la puissance a I'appareil
d'éclairage, a l'exclusion des interfaces utilisées pour lacommunication ou le transfdrt de
donng¢es

Note 1| a I'article: L'expression "Sans ondulation" est définie-"par convention pour une tension d'ondflation
sinusolidale comme une composante d'ondulation d'au plus 10:% en valeur efficace: la valeur de créte maximale ne
dépasse pas 140 V pour un réseau continu sans ondulation'de 120 V nominal.

[SOURCE: IEC 61347-1:2015 + AMD1:201%,-3.27, modifiée — La définition a été reformulge.]
3.24

transfert de puissance inductive

procs
charg
procH

EXEM
transfdg

Note 1
Télécqg
transfq
techng

Note 2

e séparée, lorsque ces_derniéres sont en contact physique (mais pas électrique)
es l'une de l'autre

PLE: Les luminaires“rechargeables a transfert de puissance inductive intégré et les lampes a indu
rt de puissance inductive constituent des exemples.

mmunications{(UIT) est utilisée ou superposée a la fonction de transfert de puissance des appa

logie radioéelectrique s'appliquent.

ssus de transfert inductif de\l'énergie électrique dans le temps entre une source ellf une
o}

tres

tion a

a l'article: (Si%. en outre, une technologie radioélectrique telle que définie par I'Union Internationale des

reils a

rt de puissance inductive a des fins de communication de données, les normes applicables § cette

chargé
I"évalu

3.2.5
fenét

a larticle: Toute propagation de I'énergie électromagnétique en dehors du systéme de la source e} de la
déa nuiccan mduecting ot acidAra e FRT=Y paturhation Al traomaandtion $ ot daon o ..-vﬂse é
de-puiscance—tnductive—est-considérée-commeune—perturbation—dlestromagnétique—etoest-done—souh
ation selon la présente norme.
re optique

co6té de l'appareil d'éclairage d'ou provient la lumiére

3.2.6

fonction primaire

foncti

3.2.7

on d'un appareil qui est définie comme telle par le fabricant

fonction secondaire
toute fonction d'un appareil non essentielle pour accomplir la fonction primaire, définie par le
fabricant
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3.2.8
montage d'essai
montage spécifique de I'EUT, du céblage et du matériel auxiliaire pendant I'essai

3.3 Termes et définitions relatives aux équipements

3.31

enseigne publicitaire

unité qui utilise I'éclairage pour la publicité, la signalisation routiére, les panneaux de
signalisation, etc.

3.3.2
matériel d'appoint
transfucteurs (par exemple, sondes de courant et de tension et réseaux fictifs).et qutres
appafeils (par exemple, cables, préamplificateurs, atténuateurs, filtres,¢/.adaptafeurs)
conngctés a un récepteur de mesure ou a I'EUT et utilisés dans la transmission du gignal
perturbateur entre I'EUT et le récepteur de mesure

Note 1| a I'article: Dans les publications CISPR, différentes définitions sont données pour le matériel assdcie, le
matéripl auxiliaire et le matériel d'appoint. Les définitions données dans le présent document reposent sur|celles
de la ¢ISPR 16-2-3. Voir aussi 3.3.3 et 3.3.4.

Note 2 a I'article: Voir aussi Figure 2.

[SOURCE: CISPR 16-2-3:2016, 3.1.2, modifiée — Des exemyples dans la définition et les INotes
a l'article ont été ajoutés.]

3.3.3
matériel associé
AE
appafeil ne faisant pas partie du systeme.en essai, mais nécessaire au bon fonctionngment
du matériel en essai (EUT)

EXEMPLE: Matériel générant des signaux de.commande d'éclairage.

Note 1| a l'article: L'abréviation "AE"est dérivée du terme anglais développé correspondant "assqciated
equipment".

Note 2 a I'article: Voir aussi Figure 2.

[SOURCE: CISPR 1622-3:2016, 3.1.5, modifiée — L'exemple et la Note 2 a l'article ont été
ajoutes.]

3.34
matériel auxiliaire
AuxHq
périphérique faisant partie du systeme en essai

EXEMPLE: Dans le CISPR TR 30-1 ou le CISPR TR 30-2, le luminaire de référence, si un ballast ou un pilote est
soumis a essai.

Note 1 a lI'article: L'abréviation "AuxEqQ" est dérivée du terme anglais développé correspondant "auxiliary
equipment".

Note 2 a I'article: Voir aussi Figure 2.

[SOURCE: CISPR 16-2-3:2016, 3.1.6, modifiee — L'exemple et la Note a l'article ont été
ajoutés.]
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3.3.5

appareillage

dispositif électrique inséré entre I'alimentation et une ou plusieurs sources de lumiére et qui
peut servir a transformer la tension d'alimentation, a limiter le courant de la ou des sources
de lumiere a la valeur exigée, a fournir la tension de démarrage et le courant de
préchauffage, a empécher le démarrage a froid, a corriger le facteur de puissance, a réduire
les perturbations radioélectriques, a inclure des dispositifs pour la gradation et d'autres
fonctions de commande

Note 1 a I'article: Cette définition s'écarte de celle de I'lEC 60598-1.

[SOURCE-IEC 62504:2014 3 6.1 _modifice = L'abréviation "LED" utilisée dans le terme a été
suppfimée et diverses modifications ont été apportées a la définition.]

3.3.6
éclaifage décoratif
matéfiel qui émet de la lumiére pour les besoins atmosphériques, artistiques’ou de I'ambjance

3.3.7
adaptateur de lampe a deux culots
composant congu pour étre installé dans des luminaires constrdits pour des lampes| d'un
diame¢tre de tube (conformément a I''EC 60081 et a I'lEC 61195) et d'une longueur de| tube
spécifique afin de leur permettre de recevoir des lampes d'umautre diamétre de tube ou f'une
autre[longueur de tube

Note 1| a I'article: Un adaptateur de lampe peut intégrer un commatateur, un fusible ou un appareillage de|lampe
électrdnique pour le fonctionnement d'une lampe en hautes fréquences.

3.3.8
lampge a ballast intégré a deux culots
enseimble qui ne peut étre démonté sans se-trouver endommagé de fagon permanente,|muni
d'ung ou de plusieurs sources de lumiere et de deux culots de lampe, et incorporanf une
sourde ainsi que tous éléments ,eomplémentaires nécessaires a l'amorgage et A un
fonctlonnement stable de la source.de“lumiére

Note 1| a I'article: Voir la Note 1 a I'article et la Note 2 a I'article en 3.3.21.

3.3.9
semitluminaire a deux‘culots
unitélanalogue a unetlampe a ballast intégré, mais congue pour utiliser une source de lumiére
remplacable et/ou-On dispositif d'amorgage

Note 1| a l'article:, )Les semi-luminaires pour les lampes a incandescence ou les lampes a fluorescence de type
compdct, parfais» appelés adaptateurs, sont des dispositifs équipés d'un cb6té d'un culot de lampe normalisé
IEC 60J061-1\afin de permettre le montage dans une douille normalisée de lampe et de I'autre cété d'une Houille
permeftant Finsertion d'une source de lumiere remplagable.

Note 2 a l'article: Le composant de la source de lumiére et/ou du dispositif d'amorgage d'un semi-luminaire est
facilement remplagable.

Note 3 a l'article: Pour les technologies a décharge de gaz, le composant du ballast n'est pas remplacable et
n'est pas éliminé a chaque remplacement d'une source de lumiére.

3.3.10

lampe de mise a niveau a deux culots

lampe tubulaire utilisant une technologie alternative a la fluorescence et qui peut étre utilisée
pour remplacer les lampes a fluorescence a deux culots sans nécessiter de modification
interne du luminaire et qui, aprés l'installation, maintient le méme niveau de sécurité de la
lampe remplacée dans le luminaire

Note 1 a l'article: Le remplacement du starter a lueur conformément a I'lEC 60155 par un starter a LED de
dimensions identiques, pour le bon fonctionnement de la lampe a LED a deux culots, n'est pas considéré comme
une modification du luminaire.
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3.3.11

lampe a induction

lampe a décharge gazeuse dans laquelle la puissance exigée pour produire de la lumiére est
transférée depuis I'extérieur de I'enveloppe de la lampe vers le gaz a l'intérieur par
I'intermédiaire d'un champ électrique ou magnétique

3.3.12

matériel en essai

EUT

matériel relevant du domaine d'application du présent document et soumis aux essais de
conformité (évaluation de la conformité) pour la compatibilité électromagnétique (émissions)

EXEMPLE: L'EUT peut étre un luminaire comprenant une ou plusieurs lampes, une lampe a ballast jintédré, un
cordor] lumineux ou un module.

Note 1| a l'article: L'abréviation "EUT" est dérivée du terme anglais développé correspondant “€gquipment|under
test".

Note 2 a l'article: Voir aussi Figure 2.

[SOURCE: CISPR 16-2-3:2016, 3.1.14, modifiée — La définition est miodifiée et I'exemple et la
Note 2 a I'article ont été ajoutés.]

3.3.1B
lamppe
unité| contenant au moins une source de lumiére et wn ou deux culots normalisés|pour
I'intenface

3.3.14
source de lumiére a LED
dispagsitif contenant une LED ou un ensemble de LED utilisés a des fins d'éclairgment
lumineux

3.3.1p
sour¢e de lumiére
dispasitif émettant de la lumiére\produite par une transformation d'énergie électrique

Note 1| a I'article: Les appareils) d'éclairage émettent de la lumiere dans la plage comprise entre la lofjgueur
d'ondd visible de 400 nm et 780, mm.

[SOURCE: IEC 60050-845:1987, 845-07-01, modifiée — La définition a été reformulée|et la
note g l'article ajoutee.]

3.3.1p
appareildiéclairage

Note 1 a l'article: |l s'agit, par exemple, des luminaires, des lampes a ballast intégré, des lampes et modules TBT
utilisés pour I'éclairage général, de I'éclairage public/par projecteurs pour une utilisation extérieure, de I'éclairage
installé a l'intérieur des véhicules de transport ou sur ceux-ci et qui ne relévent pas du domaine d'application de la
CISPR 12.

[SOURCE: IEC 60050-845:1987, 845-09-01, modifiée — La définition a été reformulée.]
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3.3.17

luminaire

appareil d'éclairage qui répartit, filtre ou transforme la lumiére émise par une ou plusieurs
lampes ou sources de lumiéere et qui comporte, a I'exclusion des lampes elles-mémes, toutes
les piéces nécessaires pour supporter, fixer et protéger les lampes et, si nécessaire, les
circuits auxiliaires et les moyens de branchement de ceux-ci au réseau d'alimentation, au
pilote, aux télécommandes, au cablage, au support et au montage

Note 1 a l'article: Cette définition est tirée de celle donnée dans la norme IEC 60598-1 aux produits luminaires.
Dans cette norme, un luminaire n'inclut pas de lampe, sauf si la lampe en fait partie intégrante. Toutefois, pour les
besoins des essais d'émission décrits dans le présent document, un luminaire contient toujours une lampe, une
source de lumiére ou une charge résistive.

[SOURCE: IEC 60598-1:2014, 1.2.1, modifiée — La définition a été reformulée.]

3.3.1B
module
piecel électronique ou électrique qui remplit une ou plusieurs fonctions-particulieres f'une
application d'éclairage et peut contenir des sources de radiofréquences,qui est destiné a étre
appliqué dans un luminaire ou une installation par un utilisateur finrakeét a étre mis dur le
marché et/ou vendu séparément d'un appareillage ou systéme d'éclairage

Note 1| a I'article: |l s'agit par exemple d'une lampe a ballast intégré, dun starter, d'un appareillaggd, d'un
gradateur mural, d'une télécommande ou d'un module LED.

3.3.19
EUT passif
équigement qui, compte tenu de sa nature intrinséque et de ses caractéristiques physjques
(absgnce de variation active et rapide ou commutation des courants ou tensions| par
exemple), est incapable de produire ou :de participer a la production d'émisjsions
électfomagnétiques qui dépassent un niveau permettant a la réception radio de se dénouler
comme prévu

Note 1| a l'article: Un EUT passif n'est pas’“susceptible de produire des perturbations électromagnéfiques.
Voir 6 J2.

Note 2 a I'article: Les diodes de redressement de puissance et un starter électronique uniquement actifs lors de
la phage d'amorgage sont considérés\comme des composants passifs.

3.3.2
lampe a TBT restreinte
lampge a TBT présentant des restrictions spécifiques concernant le type d'alimenfation
électrique et/ou laplongueur de cable pouvant étre utilisés, tels que ceux fournis ou spégifiés
par lg fabricant

I

Note 1 & I'afticle: Les lampes a TBT ne comportant aucune description détaillée des restrictions ne sopt pas
restreiptes:

3.3.2
lampe a ballast intégré

unité autonome intégrant une source de lumiére et d'autres éléments qui peuvent étre
nécessaires pour I'amorcage et pour assurer la stabilité de fonctionnement de la source de
lumiére, qui ne peut étre démontée sans étre endommagée de maniére permanente, et qui
est reliée a une douille ou un luminaire par l'intermédiaire d'un ou de deux culots de lampe
normalisés IEC 60061-1

Note 1 a I'article: Le composant de la source de lumiére d'une lampe a ballast intégré n'est pas remplacable.

Note 2 a I'article: Pour les technologies a décharge de gaz, le composant du ballast fait partie intégrante de la
lampe a ballast intégré; il ne fait pas partie du luminaire.

Note 3 a l'article: Le terme "lampe a ballast intégré" est un terme général pour désigner toutes les lampes qui
peuvent fonctionner indépendamment d'autres accessoires ou matériels auxiliaires externes, a I'exception de la
douille. Cela inclut les technologies a décharge de gaz et les technologies LED et OLED.
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[SOURCE: IEC 60598-1:2014, 1.2.59, modifiée — La définition a été reformulée, les Notes 2 et
3 a l'article ont été modifiées et la Note 4 a I'article a été supprimée.]

3.3.22

semi-luminaire

dispositif (parfois appelé adaptateur) équipé d'un cété d'un systéme de culot de lampe
normalisé |IEC permettant le montage dans une douille normalisée et, de I'autre c6té, d'une
douille permettant I'insertion d'une source de lumiére remplagable avec un culot

3.3.23

appareil a rayonnement ultraviolet et infrarouge
appafeil a rayonnement optique fonctionnant a une longueur d'onde comprise entre 780 hm et
1 mm ou entre 1 nm et 400 nm

EXEMPLE: |l s'agit, par exemple, d'appareils utilisés pour les soins médicaux et cosmétiques, et pour le
chauffage localisé.

[SOURCE: IEC 60050-731:1991 , 731-01-05 et 731-01-06, modifiées — Lés définitions ont été
comblinées.]

3.4 | Termes et définitions relatives aux interfaces et aux accés

3.41
interface d'alimentation électrique en courant alternatif
point{de connexion a un réseau d'alimentation électriqueien courant alternatif externe

3.4.2
interface de communication/données/réseau
point| de connexion pour le transfert de données et le transfert sémaphore, destiné a
interqgonnecter des systémes largement dispersés par des moyens comme la conngxion
directe a des réseaux de télécommunication multiutilisateur (par exemple les réseaux lgcaux
comme les réseaux Ethernet, les réseaux’en anneau a jeton, etc.)

3.4.3
interface de commande
point| de raccordement d'un,conducteur ou d'un cable a l'appareil d'éclairage afin de
commander son fonctionnement

3.44
interface d'alimentation électrique en courant continu
point(de connexien a un réseau d'alimentation électrique en courant continu externe

3.4.5
interface.d'alimentation électrique
point| de’ connexion auquel est raccordé un conducteur ou un céble qui transpornte la
puissance électrique primaire pour le fonctionnement de I'appareil d'éclairage, et par lequel
les perturbations électromagnétiques conduites peuvent également entrer dans
I'environnement électromagnétique

Note 1 a l'article: Les cables peuvent étre connectés a une interface de transmission de la puissance électrique a
partir d'un réseau de distribution en courant continu et/ou alternatif dont la topologie permet aux perturbations
électromagnétiques d'entrer aisément dans I'environnement électromagnétique.

3.4.6

acces par l'enveloppe

interface sans fil non intentionnelle fictive de [I'appareil d'éclairage par laquelle les
perturbations électromagnétiques peuvent rayonner dans I'environnement

Note 1 a I'article: Basée sur I'lEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010; 3.1.2.
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Note 2 a l'article: L'interface fictive peut étre composée, par exemple, de joints et d'ouvertures dans I'enveloppe
métallique physique, mais également de longueurs limitées de chacune de ses interfaces cablées. En régle
générale, dans la plage de fréquences supérieure a 30 MHz, un tiers de longueur d'onde de la longueur des
interfaces cablées peut participer aux perturbations rayonnées. Par conséquent, les interfaces cablées sont
également incluses dans le matériel auxiliaire qui est destiné a étre connecté avec des cables de moins de 3 m.

3.4.7

interface électrique

point de connexion de l'appareil auquel un conducteur ou un cable est raccordé pour
différentes fonctions (alimentation électrique, commande ou communication, par exemple)

EXEMPLES: Voir Figure 3.

3.4.8
terre|[fonctionnelle
borng de I'appareil destinée a étre reliée a un conducteur de terre externe pourfles besoins
fonctionnels et/ou de compatibilité électromagnétique

3.4.9
interface de charge
point| de connexion de l'appareil d'éclairage fournissant I'énergie, électrique a l'un de ses
éléments

3.41D
accés cablé local
interface de I'appareil d'éclairage directement reliée a des eables qui ne sont pas conneqtés a
un réseau et dont la longueur est supérieure ou égale a 3 m ou qui sont indirectgment
conngctés au réseau par l'intermédiaire de matériel ‘auxiliaire

EXEMPLE: |l s'agit, par exemple, de l'interface d'alimenfation électrique d'une lampe a TBT, de l'interfade d'un
pilote de connexion d'un long cable de charge (> 3 m) a“une source de lumiére, de l'interface de commande d'un
captedr pour la connexion d'un cable de commande eourt (< 3 m) a un luminaire alimenté par le secteur en dourant
alterngtif. Pour des exemples, se référer a I'"Annexe.D.

Note 1| a I'article: Ce type d'accés peut émefttre*des perturbations électromagnétiques.

3.4.11
réseau
installation électrique composée d'appareils et de cables ou de cablage d'interconnexion| pour
la trgnsmission et la distribution de la puissance électrique, d'un signal électrique pqur la
transmission de données.ou pour la communication, etc.

3.4.12
accés
catédorie particuliere d'une interface d'un EUT qui fournit un trajet de couplage pour les
perturbations électromagnétiques entre [I'EUT et I'environnement électromagndtique
spéci|fique a cette catégorie

Note 1 a l'article: Voir Figure 1.
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Acces par l'enveloppe

Accés réseau
cablés

Acceés cablés
locaux

EUT

IEC

NOTE L'accés par I'enveloppe peut inclure d'autres interfaces cablées, avec des longueurs inférieures
(voir 3.4.6).
Figure 1 — Accés CEM d'un EUT
3.4.18
terre|de protection

bornd
contr

3.4.14

acce
interf|
un ré
dans

3.5
AAN
CA
AE (A
AMN
AuxE

CDNE
Emis

CISP

CM (
CP ((

5 réseau cablé

le réseau

Termes abrégés
Artificial Asymmetrical Network)

ssociated Equipment)
(Artificial Mains Network)
q (Auxiliary Equipment)

E (Coupling Decoupling(Network
5ion)

R

Common/Mode)

Curreft-Probe)

CVP

Capacitive Voltage Probe)

de l'appareil destinée a étre reliée a un conducteur externe
b les chocs électriques en cas de défaut

pce cablée de 'appareil d'éclairage reliée a des cables eux*mémes directement re
seau, et par laquelle les perturbations électromagnétiques conduites peuvent 4

afin d'assurer la prote

réseau fictif asymétrique
courant alternatif

matériel associé

réseau fictif d'alimentation
matériel auxiliaire

réseau de couplage-découplage
Comité International Spécial des
Perturbations Radioélectriques
mode commun

sonde de courant

sonde de tension capacitive

dB
CC
DALI

(Digital Addressable Lighting Interface)

DM (Differential Mode)

E (Earth)

TBT
CEM

décibel

courant continu

2018

a3m

ction

iés a
ntrer

interface d'éclairage adressable numérique

mode différentiel
borne de terre
trés basse tension

compatibilité électromagnétique
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EUT (Equipment Under Test)
FAR (Fully Anechoic Room)
FE (Functional Earth)

GHz

GU10

Hz

— 95 —

matériel en essai

chambre entiérement anéchoique
terre fonctionnelle

gigahertz

support en verre en forme de U et culot d'une
ampoule a réflecteur multifacette (MR)

hertz

IEC (International Electrotechnical

Comimnission)

IEV (|nternational Electrotechnical

Vocapulary)

ISM
RSI
ATI
uiT

kHz

LAN (Local Area Network)

LED (Light Emitting Diode)

LLAS (Large Loop Antenna System)

MHz
MA
MF
nv

LLAS (targe Loop Antenna System)

Commission Electrotechnique Internationlale

Vocabulaire Electrotechnique Internationa

infrarouge

industriel, scientifique et médical
réseau de stabilisation d'impédance
appareils de traitement de l'information

Union Internationale des
Télécommunications

kilohertz

ligne

réseau local

diode électroluminescente
systéme de grande antenne-cadre
mégahertz

microampeére

microfarad

microvolt

systéme de grande antenne-cadre

MHz
MA
MF
nv
N
N.A.
nF

OATS (Open Area Test Site)

mégahertz
microampeére
microfarad
microvolt
neutre

non applicable
nanofarad

emplacement d'essai en espace libre
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OLED (Organic Light Emitting Diode) diode électroluminescente organique
PE (Protective Earth) terre de protection

MID modulation d'impulsions en durée
RF radiofréquence

RGP (Reference-Ground Plane) plan de masse de référence

SAC (Semi Anechoic Chamber) chambre semi-anéchoique

SSL (Sottd-Statetighting) éctatrage—a-semiconducteurs

TEM [ Transverse ElectroMagnetic) électromagnétique transverse

TR (Technical Report) rapport technique

uv ultraviolet

Equipement de mesure/d'essai

Récepteur de mesure des
signaux perturbateurs Limite de I'énvironnement de
mesure ou d'essai

(conduit ou rayonné)

L LS

1

Installation d'essai
Site ou chambre qui créqg les
conditions ou I'environnement

| Matériel d'appoint (transducteur
| permettant de mesurer, coupler
1 ou découpler une perturbation)

1

1

1

1

1

1

1

! de mesure ou d'essa

@ 1 spécifié(s) (pour les esqais

| ; .
Systéme en essai : conduits ou rayonnés|

1

1

1

1

1

1

1

Appareil ‘'en essai

\

Matériel auxiliaire

!
Matériel associé |
(pour faire '
fonct{onner I'EUT)
| A
1 TN
1
1
1
1

— AE EUT || AuxEq —— 1 (pour créer un systéme hote
5 et/ou un environnement
1 1 ' . . .
AuxE / d'essai représentatif
x e g o de I'EUT)
B —— : IEC

-

igure 2= Description générique des définitions du matériel d'essai, du matérie
d*appoint, du matériel auxiliaire et du matériel associé concernant I'EUT et
I'environnement d'essai/de mesure (définitions données dans la CISPR 16-2-3)

4 Limites

4.1 Généralités

Les exigences relatives a un EUT sont données dans le présent article sur la base de trois
accés CEM possibles qui peuvent s'appliquer a chacune des interfaces de I'EUT: accés par
I'’enveloppe, accés réseau cablé et accés cablé local. La classification des acces et
I'application de la limite pour chaque interface possible d'un EUT sont spécifiées a I'Article 5
et a I'Article 6.

Les limites de perturbations sont spécifiées pour les types particuliers de détecteurs, c'est-a-
dire les détecteurs de quasi-créte et les détecteurs de valeur moyenne (voir spécification du
récepteur CISPR dans la CISPR 16-1-1). Si les limites applicables sur une plage particuliere
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de fréquences sont spécifiées pour les détecteurs de quasi-créte et les détecteurs de valeur
moyenne, a condition de mesurer les niveaux de perturbation de I'EUT avec le détecteur de
quasi-créte, et s'il s'avére qu'ils satisfont aux limites moyennes, I'EUT doit alors étre
considéré comme satisfaisant aux limites et des mesures peuvent ne pas étre réalisées dans
cette plage de fréquences avec le détecteur de valeur moyenne.

Si des méthodes différentes avec des limites associées peuvent étre appliquées, le rapport
d'essai doit préciser la méthode et les limites correspondantes utilisées.

NOTE Les limites indiquées dans le présent document ont été déterminées dans le cadre d'une approche
probabiliste. Dans des cas exceptionnels, des dispositions supplémentaires sont exigées.

4.2 | Plages de fréquences

En43, en 44 et en4.5, les limites et méthodes de mesure des caractéristiques de
perturbations radioélectriques sont données en fonction de la plage de fréquénces. Adcune
mesure n'est nécessaire aux fréquences pour lesquelles aucune limite n'est spécifiée.

4.3 Limites et méthodes d'évaluation des accés réseau cablés
4.3.1 Interface d'alimentation électrique

Les Ilmites et la méthode de mesure pour I'évaluation des tensions perturbatrices conquites
au niveau des bornes d'interface d'alimentation électrique en/courant alternatif ou en colurant
continpu, dans la plage de fréquences comprises entre 9 kkHz-et 30 MHz, sont données dans le
Tablgau 1.

Tableau 1 — Limites de tension perturbatrice
au niveau de l'interface d'alimentation électrique

Plage de fréquences Limites 2 Méthode
dB(uV)
Quasi-créte Valeur moyenne
9 kiiz a 50kHz 110 - CISPR 16-2-1|et 8.3
50 kHz a 150 kHz 90a80b -
1500kHz a 0,5 MHz 66 a56° 56 a446°
0,5MHz a 5,0 MHz 56 ¢ 46 °
5 MHz a 30 MHz 60 50

2 A lp fréquence de fransition, la limite inférieure s'applique.

b Le$ limites diminuent de maniére linéaire avec le logarithme de la fréquence dans les plages conjprises
en{re 50 kHz-et 150 kHz et entre 150 kHz et 0,5 MHz.

¢ Polr_les appareils d'éclairage intégrant exclusivement des lampes a induction, la limite dans la pldge de
frépuences comprises entre 2,2 MHz et 3,0 MHz est de 73 dB(uV) en valeur de quasi-créte, et de 63 dB(l1V) en
valeur moyenne.

4.3.2 Interfaces réseau cablées autres que l'alimentation électrique

Les limites et méthodes de mesure pour I'évaluation des tensions perturbatrices conduites au
niveau des interfaces réseau cablées autres que l'alimentation électrique dans la plage de
fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz sont données dans le Tableau 2 et au
Tableau 3.

L'une ou l'autre des méthodes et les limites associées indiquées dans le Tableau 2 ou
le Tableau 3 peuvent étre appliquées pour démontrer la conformité.
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Tableau 2 — Limites de tension perturbatrice
au niveau des interfaces réseau cablées autres que l'alimentation électrique

Plage de fréquences Limites Méthode
(MHz) dB(nV)
Quasi-créte Valeur moyenne
0,15 a 0,50 84 a74 74 a 64 CISPR 16-2-1 et 8.4
0,50 a 30 74 64

NOTE 1 Les limites diminuent de maniére linéaire avec le logarithme de la fréquence dans la plage comprise
entre 0,15 MHz et 0,5 MHz.

NOTE|2 Les limites de tension perturbatrice sont déduites de ['utilisation d'un réseau fictif asymétrique,|(AAN)
préserjtant une impédance en mode commun (mode asymétrique) de 150 Q a I'interface mesurée.

Tableau 3 — Limites de courant perturbateur
au niveau des interfaces réseau cablées autres que l'alimentation électrique

Plage de fréquences Limites Méthode
(MHz) dB(pA)
Quasi-créte Valeur moyennée
0,15 a 0,50 40 a 30 30 a 20 CISPR 16-2-1 et 8.4
0,50 a 30 30 20

NOTE|1 Les limites diminuent de maniére linéaire avec le logarithme de la fréquence dans la plage comprise
entre 0,15 MHz et 0,5 MHz.

NOTE|2 Les limites de courant perturbateur sont déduite’s de I'utilisation d'une impédance en mode cqmmun
(mode|asymétrique) de 150 Q. Par conséquent, le facteurde conversion appliqué est de 20 log(150) = 44 dB[2.

4.4 Limites et méthodes d'évaluation des accés cablés locaux

La prgsente norme différencie l:"aecés cablé local" en deux catégories. Ces deux catédories
sont:

a) l'ipterface de I'EUT qui‘se connecte de maniére indirecte a un réseau par l'intermédiaire
di matériel auxiliaire (qui comprend l'interface d'alimentation électrique des lampes
a(TBT);

b) l'interface de {/EYT qui ne se connecte pas a un réseau, de maniere directe ou indifecte,
ef qui peut.&tre reliée a des cables d'une longueur supérieure ou égale a 3 m.

Pour|ces deux catégories d'accés cablés locaux", les limites applicables aux perturb3tions
condtiites.sont spécifiées dans le présent paragraphe.

Les limites et méthodes de mesure pour I'évaluation des tensions perturbatrices conduites au
niveau des accés cablés locaux dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et
30 MHz sont données dans le Tableau 1, le Tableau 4, le Tableau 5 et le Tableau 6.

Les limites et méthodes applicables aux interfaces d'alimentation électrique des lampes
a TBT sont données dans le Tableau 1 et dans le Tableau 4, pour les lampes a TBT restreinte
et non restreinte respectivement, avec des exigences supplémentaires pour la méthode
d'essai de 6.4.7.
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Tableau 4 - Limites de tension perturbatrice des accés cablés locaux:
interface d'alimentation électrique des lampes a TBT non restreinte

Plage de fréquences Limites 2¢d Méthode
dB(nV)
Quasi-créte Valeur moyenne

9 kHz a 50kHz 136 -
50 kHz & 150 kHz 116 4 106 © - CISPR 16-2-1
150 kHz & 0,5 MHz 92482° 82472° et A.5.1
0,5 ptHz—=2—"5;0Mtz 82 T2
5 MHz a 30 MHz 86 76

2 A lp fréquence de transition, la limite inférieure s'applique.

b Le$ limites diminuent de maniére linéaire avec le logarithme de la fréquence dans leshplages conjprises
enfre 50 kHz et 150 kHz et entre 150 kHz et 0,5 MHz.

¢ Les limites de ce tableau s'appliquent si aucun atténuateur de 26 dB n'est appliqué (voiwFigure A.3).

4 Le$ limites de tension perturbatrice pour les lampes & TBT restreinte sont/donhées dans le Taljleau 1

(vqir 6.4.7).

Les Iimites et méthodes données dans le Tableau 5 ou le Tableau 6 doivent étre appliquées
aux @acceés cablés locaux autres que les interfaces d'alimentation électrique des lampes

aTBT.

Tableau 5 — Limites de tension perturbatrice au niveau des accés cablés locaux: ag¢ceés

cablés locaux autres que l'interface d'alimentation électrique de lampe a TBT

Méthode

Plage de fréquences Limites
MHz dB(uV) @
Quasi-créte Valeur moyenne
0,15 a 0,50 80 70
0,50 a 30 74 64

CISPR 16-2-1 (méthofe de
la sonde de tension)
Voir 8.5.2.2

2 A lp fréquence de transition, la'liniite inférieure s'applique.

Tableau 6 — Limites-de courant perturbateur au niveau des accés cablés locaux: a¢cés

cablés locaux’autres que I'interface d'alimentation électrique de lampe a TBT

Plpge de fréquences Limites Méthode
MHZz dB(uA)
Quasi-créte Valeur moyenne
CISPR 16-2-1
0,175 a 0,50 40 a 30 30 a 20 Voir 8.5.2.3
0,50 a 30 30 20

NOTE 1 Les limites diminuent de maniére linéaire avec le logarithme de la fréquence dans la plage comprise
entre 0,15 MHz et 0,5 MHz.

NOTE 2 Les limites de courant perturbateur sont déduites de I'utilisation d'une impédance en mode commun
(mode asymétrique) de 150 Q, le facteur de conversion appliqué étant de 20 log(150) = 44 dBQ.

4.5 Limites et méthodes d'évaluation de I'accés par I’enveloppe

4.51 Généralités

Le présent paragraphe donne les

I’enveloppe en fonction de la plage de fréquences.

limites de perturbations rayonnées de l'accés par
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Des limites de perturbations de champ rayonné dans la plage de fréquences comprises entre
9 kHz et 30 MHz sont données dans le Tableau 8 et le Tableau 9.

Les limites du Tableau 8 sont exprimées par rapport a un courant mesuré dans un systéme de
grande antenne-cadre (LLAS) tel que celui spécifié dans la CISPR 16-1-4. Ce courant est une
mesure du niveau de champ magnétique qui entoure I'EUT. Cette limite, applicable au
détecteur de quasi-créte du récepteur CISPR, est donnée pour trois tailles de systéme de
grande antenne-cadre dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 30 MHz.

La pl
estd

Pour
asso(
en 9.

Les |
s'ave
au dé

indiquier quelle méthode a été utilisée et quelles limites ont ét& appliquées.

hge de dimensions maximales de 'EUT pour chacun des trois diaméfres d'antenne-
bnnée dans le Tableau 7.

les EUT de dimensions supérieures a 1,6 m, les limites données dans-le Tabl
iées a la méthode de mesure de l'antenne-cadre de champ magnétique spé
3.2 peuvent étre appliquées.

mites du Tableau 8 et du Tableau 9 offrent différentes options.(Dans tous les cas
re nécessaire de vérifier les résultats de mesure d'origine, la méthode de mesure choisie
part doit étre utilisée afin de garantir la cohérence des résultats. Le rapport d'essqi doit

Tableau 7 — Dimensions maximales de I'EUT, qui peuvent étre utilisées
pour les essais a I'aide d'un LLAS présentant des diamétres différents

Dimension maximale de I'EUT, D

Diamétre de I'antenne cadre

m m
D<1,6 2
D<2,6 3
D<3,6 4

Tableau 8 £ Limites de perturbations rayonnées du LLAS

dans la plage‘de fréquences comprises entre 9 kHz et 30 MHz

badre

pau 9
cifiée

ou il

Rlage de fréquences Limites de quasi-créte pour trois diameétres d'antenne Méthode
dB(uA)
2m 3m 4m
9 kHz a\V0 kHz 88 81 75
CISPR 14-2-3
70 kHz a 150 kHz 88 ab58°? 81a51° 75a45°
et 9.3)2
150 kHz a 3,0 MHz 58 3222°P 51431523°b 453923°b
3,0MHz a 30 MHz 22 15216 ° 9a12¢

@ Décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence.

Pour les appareils d'éclairage intégrant exclusivement des lampes a induction, la limite dans la plage de

fréequences comprises entre 2,2 MHz et 3,0 MHz est de 58 dB(pA) pour un diamétre de 2 m, de 51 dB(pA) pour
un diametre de 3 m et de 45 dB(pA) pour un diamétre de 4 m.

Croissant linéairement avec le logarithme de la fréquence.

4.5.3

Plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz

Les limites de perturbations de champ rayonné et les méthodes de mesure dans la plage de
fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz sont données dans le Tableau 10 en valeurs

quasi-créte du composant de champ électrique.
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Le Tableau 10 propose différentes options. Dans tous les cas, s'il s'avére nécessaire de
vérifier les résultats de mesure d'origine, la méthode de mesure et la distance de mesure
choisies au départ doivent étre utilisées afin de garantir la cohérence des résultats. Le
rapport d'essai doit indiquer quelle méthode a été utilisée et quelles limites ont été
appliquées.

Tableau 9 - Limites de perturbations rayonnées d'une antenne-cadre dans la plage de
fréquences comprises entre 9 kHz et 30 MHz pour un appareil de dimension > 1,6 m

Plage de Limites a 3 m Méthode
fréquences L
Quasi-créte
MH
z dB(uA/m)
0,009 a 0,070 69
0,070 a 0,150 69 4 39°
9.3.3
0,150 a 4,0 39332ab
4,0 a 30 3

2  Poyr les appareils d'éclairage intégrant exclusivement des lampes a inductiond, la limite dans la plgdge de
fréquences comprises entre 2,2 MHz et 3,0 MHz est de 39 dB(pA/m).

b Déproissant linéairement en fonction du logarithme de la fréquence.
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Tableau 10 — Limites de perturbations rayonnées et méthodes de mesure associées
dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz

Méthode d'essai @ Référence 9 Plage de fréquences Limites
MHz de quasi-créte ¢
OATS ou SAC CISPR 16-2-3 30 a 230 30 dB(pV/m)
a une distance de 10 m 230 a 1 000 37 dB(pV/m)
OATS ou SAC CISPR 16-2-3 30 a 230 40 dB(uV/m)
a une distance de 3 m 230 a 1 000 47 dB(pV/m)
FAR StS5PR46-2-3 366236 42535 2-dBtV/m)
alune distance de 3 m 230 a 1 000 42 dB(V/m)
Guide d'ondes TEM P IEC 61000-4-20 30 a 230 30 dB(pV/m)
230 a 1 000 37 dB(pV/m)
Méthode CDNE © f CISPR 16-2-1 30a100 64 a 54 © dB{(uV)
100 a 200 54 dB(pV)
200 a 300 54 a 51 ¢ dB{(pV)

a2  L'gne ou I'autre des méthodes et les limites associées peuvent étre appliquées_pour démontrer la conforrité.

b Le|guide d'ondes TEM se limite aux EUT sans cables reliés et de taillemaximale selon le Paragraphe .2 de
I''HC 61000-4-20:2010 (la plus grande dimension de I'enveloppe a la{frequence de mesure de 1 GHz efst une
longueur d'onde, 300 mm a 1 GHz).

¢ La|méthode CDNE et les limites associées jusqu'a 300 MHz peuvent étre uniquement appliquées pour Ids EUT
dont les fréquences d'horloge sont inférieures ou égales a 30)MHz. Dans ce cas, le produit est cor|sidéré
safisfaire aux exigences entre 300 MHz et 1 000 MHz. Les limites CDNE entre 200 MHz et 300 MHz spégifiees
dans le Tableau 10 sont plus strictes que celles indiquées’dans la CISPR 15:2013. Une marge plus impgrtante
(jupqu'a 10 dB a 300 MHz) a été appliquée entre 200 MHz et 300 MHz. Si I'essai CDNE n'est pas congluant,
I'ume des autres méthodes et les limites associées peuvent toujours étre appliquées 2.

d A lp fréquence de transition, la limite inférieure s'applique.
¢ Lallimite décroit linéairement avec le logarithme de la fréquence.

f L4 limite de taille de I'EUT indiquée ddns)la CISPR 16-2-1 ne s'applique pas. Pour la méthode CDNE, les
dimensions les plus importantes de I'EUT sont 3 m x1 m x 1 m (L x/ x H). Les restrictions CDNE s'appliquent
unfiqguement a I'EUT; elles ne s'appliquent pas au cablage ni aux dimensions totales du systéme en essai
(voir Figure 2).

9  Volr aussi 9.3.4.

5 Application.des limites

5.1 Généralites

L'applicahilité des limites des EUT est indiquée a I'Article 5. Des lignes directrices/exigences
supplémentaires en matiére d'applicabilité des limites a des types particuliers d'EUT| sont
données a I'Article 6. Voir Figure 4.

Les conditions de fonctionnement générales de I'EUT sont données a I'Article 7. Les
méthodes de mesure des perturbations conduites et rayonnées sont spécifiées a I'Article 8 et
a I'Article 9.

5.2 Identification des interfaces soumises a l'essai

Si I'EUT n'entre dans aucune des catégories spécifiées a I'Article 6, les cas d'essai
applicables pour les différentes interfaces d'EUT doivent étre déduits comme suit.

En premier lieu, les propriétés physiques CEM de I'EUT et ses interfaces cablées doivent étre
déterminées (voir Figure 3 pour les recommandations). Pour chaque interface cablée, le type
de connexion au réseau est déterminé (directe, indirecte ou aucune). Une fois les types
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d'interfaces et les connexions possibles connus, chaque interface est attribuée a I'un des trois
acces CEM normalisés possibles, comme indiqué ci-dessous:

e acces par I'enveloppe;

e acceés réseau cablé;

e accés cablé local.

La méthode d'essai applicable, le montage d'essai associé et les limites doivent alors étre

choisis pour chaque interface tour a tour, en fonction de sa classification d'accés et selon les
exigences de 5.3.

5.3 | Application des limites aux interfaces
5.3.1 Généralités

Un drganigramme décrivant le processus de décision pour I'application, des limites est
présgnté a la Figure 4.

5.3.2 Exigences relatives aux perturbations conduites pour I'accés réseau cablé

5.3.2|1 Exigences relatives aux perturbations conduites pour l'interface
d'alimentation électrique

Les ljmites de tension perturbatrice et la méthode de mesure des interfaces d'alimentation
électtique dans la plage de fréquences comprises entre‘9’kHz et 30 MHz sont données|dans
le Tapleau 1.

Ces limites s'appliquent pour les interfaces d'alimentation électrique directement conneftées
au régeau d'alimentation électrique (voir Figure\4).

5.3.2{2 Exigences relatives aux perturbations conduites pour les interfaces résepu
cablées autres que I'alimentation électrique

Les limites spécifiées dans le présent paragraphe s'appliquent aux interfaces réseau caplées
autrep que l'alimentation électrique et qui sont directement connectées a un réseau (voir
Figure 4).

Les l|mites de tension‘perturbatrice et la méthode de mesure des interfaces réseau caplées
autrep que l'alimentation électrique (pour la communication ou le transfert de donnéeg, par
exemlple) dans la)plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz sont indiquées
dans|le Tableau;2'pour une utilisation dans le cadre d'un réseau fictif asymétrique (AAN). Si
aucun réseatu de couplage n'est disponible pour l'interface en question, les limites de courant
donneées dans le Tableau 3 doivent étre appliquées en utilisant la méthode de mesute du
courgntindiquée en 8.4.

5.3.3 Exigences relatives aux perturbations conduites pour les accés cablés locaux
Ces limites s'appliquent pour les types d'interfaces suivants (voir Figure 4):

1) interface qui se connecte de maniere indirecte a un réseau par l'intermédiaire d'un autre
matériel, y compris l'interface d'alimentation électrique d'une lampe a TBT;

2) interface non connectée a un réseau et dont la longueur est supérieure ou égale a 3 m.

Pour les accés céblés locaux autres que l'interface d'alimentation électrique d'une lampe
a TBT, les limites de tension perturbatrice ou de courant perturbateur données dans le
Tableau 5 ou dans le Tableau 6 doivent étre appliquées a l'aide des méthodes de mesure
indiquées en 8.5.2.2 et en 8.5.2.3. La méthode de mesure et les limites applicables pour
I'interface d'alimentation électrique d'une lampe a TBT sont décrites en 6.4.7.
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NOTE Les interfaces qui ne sont pas connectées a un réseau et dont la longueur est inférieure a 3 m sont
évaluées dans le cadre de I'essai de l'acces par I’enveloppe. Néanmoins, l'interface d'alimentation électrique d'une
lampe a TBT fait toujours I'objet de I'essai d'émissions conduites (voir 6.4.7).

5.3.4 Exigences relatives aux perturbations rayonnées pour l'accés par I’enveloppe
5.3.4.1 Plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 30 MHz

Des limites de perturbations de champ rayonné dans la plage de fréquences comprises entre
9 kHz et 30 MHz (Tableau 8 ou Tableau 9) s'appliquent a I'accés par I'enveloppe de I'EUT.
Toutefois, il est nécessaire de soumettre I'EUT a l'essai pour les émissions rayonnées
entre 9 kHz et 30 MHz uniquement si I'application, la construction ou la technologie de I'EUT
peut Fovoguer H'impnrfnnfe moments coulombiens En cas de doute ou rl'inrlicpnnihili é de
ces ipformations, I'essai doit étre réalisé. Un important moment coulombien est obtenu|si un
courgnt perturbateur significatif circule dans une boucle comprenant une grande, sufface,
comme dans les cas suivants (entre autres):

— lel fabricant permet de connecter des interfaces cablées externes a I'EUT, avec des cpables
alun conducteur;

— I'EUT applique un seul conducteur et un cablage d'interconnexion_séparé (ou pistes| CCl)
a|l'origine de boucles et d'un dipble magnétique associé;

— lejs EUT qui appliquent des technologies a transfert de puissance’ inductive.

EXEMPLES Les luminaires a lignes d'alimentation séparées, les lampes“& induction a transfert de puigsance
inductjve et les luminaires rechargeables a transfert de puissance inductive intégré sont considérés comme des
appargils présentant d'importants moments magnétiques coulombiensskes sources de lumiére a LED en gourant
continy et les luminaires a ballast a bobine magnétique de 50 Hz“ou 60 Hz sont des exemples d'appareils
d'éclairage considérés comme présentant de trés courts moments(€oulombiens, et il n'est donc pas nécessaire de
les solimettre a I'essai.

Si I'BUT n'est pas en mesure de générer unGimportant moment magnétique coulonibien,
aucun essai n'est exigé et I'EUT est consideré satisfaire aux limites de perturbations de
chamlp rayonné dans la plage de fréquences.comprises entre 9 kHz et 30 MHz.

5.3.4|2 Plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 000 MHz

L'EUT doit étre évalué pour les_emissions rayonnées dans la plage comprise entre 30 MHz
et 1 00 MHz dans le cadre d'Gnyessai conforme a lI'une des méthodes du Tableau 10.

Si la| méthode CDNE est utilisée et que toutes les fréquences d'horloge de I'EUT| sont
inférieures ou égales“~a-“30 MHz, le produit est considéré satisfaire aux exigences |entre
300 NIHz et 1 000 MHz si les émissions sont conformes aux limites dans la plage de
fréquences comprises entre 30 MHz et 300 MHz (voir Tableau 10).

5.3.5 Plusieurs interfaces de méme type

Si I'EJJF dispose de plusieurs interfaces de méme type, elles doivent étre choisies pour I'essai
comnnessuit-

e si plusieurs interfaces analogues sont connectées a la méme carte ou au méme module, il
est acceptable de n'évaluer que 'une de ces interfaces;

e en présence d'acces de méme type sur des cartes différentes ou des modules différents, il
est acceptable d'évaluer un accés classique sur chaque type de carte ou de module.

Cela s'applique aux mesurages d'émissions rayonnées sur les acces réseau et les accés
cablés locaux uniquement.

Le rapport d'essai doit identifier les accés évalués. Toutes les autres interfaces et tous les
autres accés sont considérés satisfaire aux limites acceptables de la CISPR 15, a condition
que les exigences ci-dessus soient satisfaites quant au choix des accés pour les essais, et
qu'il ait été démontré que tous les accés soumis a l'essai sont conformes aux limites
applicables de la CISPR 15.
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5.3.6 Interfaces pouvant étre classées selon plusieurs types d'acceés

Si une seule interface satisfait a la définition de plusieurs types d'accés définis dans la
présente publication, elle fait I'objet des exigences qui s'appliquent pour chaque type d'acces
qu'elle satisfait.

EXEMPLE Une alimentation électrique par cable Ethernet peut étre identifiée comme étant un accés réseau cablé
(connexion Ethernet) et un accés cablé local (alimentation en courant continu). Pour l'accés réseau céablé
(connexion Ethernet), les limites du Tableau 2 ou du Tableau 3 s'appliquent. Pour I'accés cablé local (alimentation
en courant continu), les limites du Tableau 5 ou du Tableau 6 s'appliquent. Dans ce cas, les limites de courant
perturbateur du Tableau 3 et du Tableau 6 sont identiques. Les limites de tension perturbatrice du Tableau 2 et du
Tableau 5 sont différentes sous 0,5 MHz en raison des méthodes différentes utilisées. Dans cet exemple, les
limites_pour I'un ou I'autre des types d'accés sont fondamentalement les mémes. Un systéme de communication a
large Bhande par courant porteur est un autre exemple dans lequel l'interface considérée peut étre classée gomme
étant yn type d'accés réseau cablé différent (voir 4.3).

6 Hxigences relatives a lI'application d'une limite spécifique au produit

6.1 Généralités

Le priésent article contient les exigences relatives a I'application d'ufnelimite pour des fypes
partiquliers d'appareils d'éclairage. |l doit étre utilisé conjointement avec les exigences
générales de I'Article 5. L'Article 5 s'applique pour les appareils qui ne figurent pas a
I'Artigle 6 (premier choix de la Figure 4).

Les rlotes d'application spécifiques a un produit faisant référence a des montages de mesure
ou dgs conditions de fonctionnement particuliers sont données a I'Annexe A.

6.2 | EUT passif

Un EUT passif est considéré comme satisfaisant aux exigences du présent document|sans
essail complémentaire. |l s'agit, par exemple, des luminaires adaptés aux lampes a
incandescence ou aux lampes a ballast intégré, des transformateurs pour lampes a
incandescence ou a ballast intégré qui ne régulent pas la tension a I'aide de compopgants
électfoniques actifs et de luminaires munis uniquement de LED et de composants passifd. Les
diodgs de redressement de puissance sont considérées comme des composants passifs.

NOTE| Le terme "lampe a incandescence" utilisé dans le présent document englobe tous les types de lampes a
incandescence, y compris les lampes a halogéne.

EXEMPLE Les lampes acincandescence sont généralement considérées comme du matériel passif. Cependlant, il
convient de noter que(Certains types de lampes a incandescence possédant des filaments tres longs pguvent
générgr des perturbations’excessives.

Un EUT aveg un appareillage électromagnétique peut étre considéré comme ne contgnant
que fles composants passifs. Toutefois, compte tenu des caractéristiques physiqueg des
lampegs 4@ \décharge, une évaluation supplémentaire est exigée. Ce type d'appareil doit
satisf|aire aux limites de tension perturbatrice au niveau des bornes d'interface d'alimentation
électrique (voir Tableau T). Toutefols, les luminaires pour lampes a decharge ne conienant
qu'un appareil passif et munis d'un condensateur de correction de facteur de puissance ou
d'un condensateur d'antiparasitage (au moins 47 nF) entre les bornes sont considérés
satisfaire aux exigences du présent document sans mesurage. La conformité peut étre
obtenue par examen.

6.3 Cordons lumineux
6.3.1 Généralités

Les cordons lumineux (guirlandes de Noél, guirlandes lumineuses, par exemple) sont utilisés
pour différentes applications a la fois a l'intérieur et a I'extérieur dans les zones d'éclairage
général et d'éclairage a effets. Selon I'application et la construction, différentes sources de
lumiére ou technologies de lampe peuvent étre appliquées (lampes a incandescence ou
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lampes a LED, par exemple). L'appareillage des cordons lumineux peut étre indépendant ou
intégré. Des cordons lumineux sans appareillage sont également possibles.

6.3.2 Exigences relatives aux cordons lumineux

Les cordons lumineux munis de composants électroniques de connexion actifs doivent
satisfaire aux limites de tension perturbatrice aux bornes indiquées dans le Tableau 1 et aux
limites de perturbations rayonnées du Tableau 8 ou du Tableau 9, selon le cas, et du
Tableau 10.

La configuration et les montages d'essai sont spécifiés a I'Article A.3.

6.4 | Modules
6.4.1 Généralités

Le présent paragraphe expligue comment configurer un systéme en essai-si I'EUT ept un
module destiné a étre mis sur le marché et/ou vendu séparément d'un-appareil ou sygtéme
d'éclairage, et que l'utilisateur final doit donc appliquer dans up“appareil ou sydtéme
d'éclairage.

Diffélents types de modules peuvent étre distingués, I'EUT\‘pouvant étre, par exgmple
(Figure 5):

e unmp module remplagable (lampe a ballast intégré, lampe“a TBT ou starter, par exemplg);

e un module externe (pilote ou amorceur indépendant, gradateur mural ou télécommande,
par exemple);

e ump module interne (pilote, par exemple);

e u modl)JIe monté (source de lumiere,) adaptateur ou carte d'interface réseau| par
exemple).

Les modules internes, montés, remplagables ou externes doivent étre évalués avec au moins
un sylstéme hote représentatif comme matériel auxiliaire.

Le oy les accés d'un module_en cours d'évaluation doivent étre terminés conformément a 7.9.
Les rnctions de I'hbéte qui sont spécifiques au module en cours d'évaluation doiven{ étre
utilisges pendant les mesurages. Les modules présentés comme satisfaisant aux exigences
du présent document-dans un héte représentatif sont également considérés y satisfairg quel
que soit I'hote utilisé. L'hote et les modules utilisés pendant les mesurages doivent figurer
dans|le rapport diéssai.

Le fapricant:du module doit spécifier I'néte ou le type de luminaire et les circuits associgs qui
sont pdaptés et représentatifs a utiliser avec le module. Cela doit reposer sur une anglyse
des differentes applications classiques possibles pour le module spécifique, de sortg que
I'n6te choisi soit représentatif d'une utilisation classique en termes d'atténuation des
perturbations du module en question.

Les perturbations provenant du matériel auxiliaire (y compris I'héte) lui-méme doivent étre
suffisamment inférieures aux niveaux limites applicables.

Les exigences pour les types particuliers de modules sont données de 6.4.3 a 6.4.10.

6.4.2 Modules dotés de plusieurs applications

Les modules dont la fonctionnalité et la connectivité permettent d'étre des modules
remplagables, internes, montés et/ou externes doivent étre soumis a I'essai dans chacune de
ces configurations applicables. S'il peut étre démontré qu'une configuration particuliére est le
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cas le plus défavorable, les essais dans cette configuration sont suffisants pour démontrer la
conformité.

6.4.3 Modules internes

Pour les modules internes, l'applicabilité des limites est déterminée a l'aide du processus
présenté en 5.3. Ce processus doit étre appliqué a chacune des interfaces de I'héte qui
peuvent étre affectées par les émissions (conduites ou rayonnées) générées par le module en
essais. Pour les interfaces de I'hdte qui ne sont pas soumises a l'essai, le rapport d'essai doit
inclure une justification expliquant les raisons pour lesquelles elles sont considérées ne pas
étre affectées par les émissions générées par le module en essai.

L'hdte, qui inclut le module en tant qu'EUT, est soumis a I'essai conformément a I'Article B.6
(voir Figure B.1b) et a I'Article C.4 (voir Figure C.4) ou le montage CDNE conformémenit a la
CISPR 16-2-1.

6.4.4 Modules externes

Pour|les modules externes, l'applicabilité des limites est déterminée a-1'aide du procgssus
présgnté en 5.3 pour chacune des interfaces du module.

NOTE| Pour les modules externes, I'hnéte appliqué est le matériel auxiliaite™s La perturbation est mesurg¢e aux
borneq de I'EUT (module en essai). Pour un exemple, voir I'Article D.3 (Cas)2\+ Application 2).

Les modules externes en tant qu'EUT sont mesurés séparément afin de s'assurer que le
matériel auxiliaire (I'hdte) n'affecte pas le résultat de mesure (pas d'interaction mutuelle). Les
détails relatifs au montage des modules externes sant-donnés a I'Article B.6 (voir Figure B.2)
et a llArticle C.4 (voir Figure C.5) ou le montage GDNE conformément a la CISPR 16-2-1.

6.4.5 Lampes a ballast intégré a culot unique

Les |ampes a ballast intégré a culot;unique doivent satisfaire aux limites de tepsion
pertufbatrice aux bornes indiquées™ dans le Tableau 1 et aux limites de perturbgtions
rayorlnées du Tableau 8 ou du Tableau 9, selon le cas, et du Tableau 10.

La configuration et les montages d'essai des lampes a ballast intégré a culot unique| sont
spécifiés a I'Article A.1.

6.4.6 Lampes a ballast intégré a deux culots, adaptateurs de lampe a deux culots,
semi-luminaires a deux culots et lampes de mise a niveau a deux culots utilisés
dans lesduminaires de lampe a fluorescence

Les lampes.asballast intégré a deux culots, les adaptateurs de lampe a deux culots, les semi-
luminfaires\a deux culots et les lampes de mise a niveau a deux culots utilisés dans les
luminaires de lampe a fluorescence doivent satisfaire aux limites de tension de l'intdrface

an an  ale aue donnde dan o ble = mite de—pe badtions

Les méthodes d'essai sont spécifiées a I'Article A.4.

6.4.7 Lampes a TBT
Les lampes a TBT doivent satisfaire a I'une des exigences suivantes:

a) Les lampes a trés basse tension (TBT) (voir 3.3.20) non restreinte destinées a étre
connectées a des réseaux TBT symétriques doivent satisfaire aux tensions perturbatrices
conduites des accés céablés locaux (voir Tableau 4) au niveau de l'interface TBT,
mesurées selon la méthode spécifiée en A.5.1, et aux limites de perturbations rayonnées
du Tableau 8 ou du Tableau 9, selon le cas, et du Tableau 10, mesurées selon la
méthode spécifiée en A.5.2.
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NOTE 1 La perte d'insertion de I'appareillage appliqué est typiguement de 26 dB sur la base de mesures
réalisées sur des configurations réelles.

NOTE 2 Un soin particulier est apporté pour veiller a ce qu'aucune surcharge du récepteur ne se produise.

NOTE 3 L'ajout de la valeur 26 dB ne s'applique pas a I'évaluation des perturbations rayonnées.

b) Les lampes a TBT restreinte (voir 3.3.20) doivent satisfaire aux limites de tension
perturbatrice aux bornes d'alimentation du Tableau 1, mesurées selon la méthode
spécifiée en A.5.1, et aux limites de perturbations rayonnées du Tableau 8 ou du
Tableau 9, selon le cas, et du Tableau 10, mesurées selon la méthode spécifiée en A.5.2.

NOTE 4 Les lampes a TBT dotées d'un circuit électronique actif ne sont pas destinées a étre reliées a des
réseayx TBT asymétriques

6.4.8 Semi-luminaires a culot unique

Les demi-luminaires a culot unique doivent satisfaire aux exigences de I|'Article 57 ave¢ une
lampg classique satisfaisant aux exigences de charge spécifiées en 7.4.

Les demi-luminaires a culot unique doivent étre montés, configurés et(mesurés comme¢ une
lampg a ballast intégré. Les méthodes d'essai sont spécifiées a I'Article A.1.

6.4.9 Amorceurs indépendants

Les @amorceurs indépendants pour lampes a fluorescence{ et autres lampes a décharge
doivent satisfaire aux limites de tension perturbatrice aux Hornes d'alimentation du Tabldau 1,
et sont soumis a I'essai dans un circuit (voir I'Article A.6).

6.4.1p Starters remplagables pour lampes fluorescentes

Si le|starter remplacable contient des composants électroniques de connexion actifs, i doit
satisfaire aux limites de tension perturbatrice’aux bornes d'alimentation du Tableau 1, tdut en
étant|appliqué et soumis a l'essai dansun hbéte pertinent, c'est-a-dire un luminaire a lampe
unique équipé d'une lampe de la puissance assignée la plus élevée pour laquelle le sftarter
est cpncu. Le fabricant doit spécifierrdans le manuel d'utilisation le type de luminaire et|le ou
les circuits associés a utiliser avec le starter. L'hote qui inclut le starter remplagable en tant
qu'EUT est soumis a I'essai comme un luminaire selon I'Article B.5.

Si le [starter remplacable intégre un condensateur dont la valeur est comprise entre 0,005 pyF
et 0,02 yF et qui est connecté en paralléle a ses bornes, il est considéré satisfairg aux
exigences du présenf-document sans essai.

7 GConditions de fonctionnement et conditions d'essai de I'EUT

7.1 Généralités

Lors des mesures de perturbations de TEUT, Tappareil doit fonctionner dans les conditions
spécifiées de 7.2 a 7.9.

L'EUT doit étre soumis a l'essai dans |'état ou il est livré par le fabricant et dans les
conditions normales de fonctionnement définies, par exemple, par I'lEC 60598-1 pour les
luminaires.

De plus, les conditions particuliéres possibles données a I'Article 8 et a I'Article 9 pour les
différentes méthodes de mesure doivent étre appliquées, selon le cas.

7.2 Commutation

La perturbation produite par le fonctionnement manuel ou automatique d'un interrupteur
(extérieur ou incorporé dans un appareil) pour la connexion ou la déconnexion de
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l'alimentation ne doit pas étre prise en compte. Cela inclut les interrupteurs manuels
marche/arrét ou, par exemple, ceux commandés par des capteurs ou des récepteurs de
télécommande. Toutefois, les interrupteurs qui peuvent étre actionnés plusieurs fois en 10 s
(ceux des enseignes publicitaires, par exemple) ne sont pas inclus dans cette exemption
(voir 7.5).

7.3 Tension et fréquence d'alimentation

La tension d'alimentation doit se situer dans les limites de + 2 % de la tension assignée. Dans
le cas d'une plage de tensions, le mesurage doit étre réalisé dans les limites de + 2 % de
chaque tension d'alimentation normalisée de cette plage donnée dans I'lEC 60038. La
fréquetced'atimemntatiomr du Teseau doit€tretette—assignée pour tappareit—EYTqui peut
fonctionner aussi bien en courant alternatif qu'en courant continu doit étre mesuré ,dans les
deux [conditions.

Si la|plage de fréquences assignée inclut les fréquences 50 Hz et 60 Hz, un"mesurage doit
étre féalisé a 50 Hz ou a 60 Hz. Les émissions a d'autres fréquences dufréseau sont|alors
couvertes par ce mesurage.

7.4 | Charge par filament assignée et régulation de lumiére

Si I'E[UT présente une plage de charges par filament, il doit étte mesuré avec la charge par
filament assignée maximale uniquement.

Si I'EJT peut réduire la puissance de sortie (gradation), tes perturbations électromagnétjques
de I'HUT doivent étre mesurées a I'émission lumineuse‘minimale et maximale.

Les gradateurs a coupure de phase sont utilisés dans le réglage le plus défavgrable
déterminé lors d'un essai préalable.

7.5 Modes de fonctionnement

Si I'HUT peut étre utilisé dans différents modes de fonctionnement (clignotement, éclgirage
permanent, communication par snodulation lumineuse, couleur changeante, urgence, chiarge,
etc.),| les mesurages doivent(alors étre réalisés dans le mode de fonctionnement le| plus
défavorable.

NOTE| Plusieurs régimes.'de-charge peuvent étre utilisés par certaines technologies de batterie pendant la
chargqg, c'est-a-dire la charge rapide, la charge d'entretien, la veille, MID, etc., pour les applications dans les
lampes torches, I'éclairage de secours, etc.

Le das le plus défavorable doit étre identifié en prévisualisant chaque mod¢ de
fonctlonnement pendant au moins un intervalle de répétition du mode spécifique.

7.6 | Conditions ambiantes

Les mesures doivent étre effectuées en conditions normales de laboratoire. La température
ambiante doit étre dans les limites de la plage comprise entre 15 °C et 30 °C ou de la plage
spécifiée dans le manuel d'utilisation du fabricant, en cas de restrictions plus importantes.

7.7 Lampes
7.71 Type de lampe utilisé dans les appareils d'éclairage

Les perturbations de l'appareil d'éclairage doivent étre mesurées avec la lampe pour laquelle
I'appareil d'éclairage est congu.

Si l'appareil d'éclairage comporte plusieurs lampes, elles doivent toutes étes mises en
fonctionnement simultanément.
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7.7.2 Durées de vieillissement

La ou les sources de lumiére ou lampes qui font partie de I'EUT doivent étre des unités
stables. Certaines technologies de source de lumiére ont besoin d'une durée minimale de
vieillissement pour atteindre un état dans lequel les caractéristiques de performance sont
stables pour les besoins de cet essai.

Sauf spécification contraire dans le présent document ou par le fabricant, les durées de
vieillissement suivantes doivent étre appliquées:

— 2 h pour les technologies a incandescence;

— 100 h pour Tes technologies a decharge.

Pour [les technologies LED et OLED, aucune durée de vieillissement n'est exigée . dupoint de
vue des essais CEM.

7.8 Durées de stabilisation

Avant un mesurage, I'EUT, y compris la ou les sources de lumiére~ou“lampes qui en font
partig, doit fonctionner jusqu'a stabilisation. Sauf spécification contraire dans le prgsent
docuiment ou par le fabricant, la durée de stabilisation suivante doit_étre appliquée:

— 1% min pour les EUT qui n'incorporent pas de technologie-andécharge de gaz;

— 30 min pour les EUT qui incorporent des technologies &.décharge de gaz.
7.9 | Fonctionnement et chargement des interfaces’cablées
7.9.1 Généralités

Les interfaces ou connexions congues comme des accés cablés doivent fonctionner aveg des
cablages et des charges ou terminaisons.classiques conformément aux spécificatiorjs du
fabrigant. Tout protocole de transmissiop'exigé doit étre approprié pour I'utilisation normale et
respgcter les spécifications du fabricant,

7.9.2 Interface destinée a laitransmission continue d'un signal ou de données

Si l'interface est destinée aJla transmission continue d'un signal (MID, par exemplg), la
transmission doit étre acdtive pendant le mesurage de l'ensemble des accés de I'EUT. La
transmission continue_d'un signal ou de données peut étre exigée afin de maintenir I'état (le
nivegu de gradation,par exemple) de I'EUT ou du matériel connecté a I'EUT.

7.9.3 Interfaceé non destinée a la transmission continue d'un signal ou de donnégs

Si la [transmission n'est pas continue ou qu'une transmission continue de données n'est pas
nécegsaire’ au maintien de [I'état de I'EUT (commande de gradation envoyée| par
I'inteqmédiaire d'un protocole DALI, par exemple), la transmission continue ne doit pag étre
appliquée pendant les essais.

7.9.4 Charge
La charge d'un EUT doit étre appliquée comme suit:

— les interfaces de charge adaptées tant aux lampes a incandescence qu'a d'autres types
d'appareils d'éclairage (lampes a ballast intégré, par exemple) doivent étre soumises a
I'essai avec des charges résistives non inductives;

NOTE Les lampes a incandescence sont également considérées comme des charges résistives non
inductives.

— les interfaces de charge adaptées uniquement a un appareil d'éclairage autre que des
lampes a incandescence doivent étre soumises a l'essai avec l'appareil d'éclairage adapté
conformément aux spécifications du fabricant.
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Les exigences relatives au niveau de charge sont données en 7.4.

8 Méthodes de mesure des perturbations conduites

8.1 Généralités

Le présent article spécifie les méthodes de mesure, le montage de I'EUT et les procédures
associées aux mesurages des perturbations conduites. Il précise également des exigences
particulieres qui prévalent sur celles indiquées dans les normes fondamentales. Les détails

relatifs aux montages particuliers de I'EUT pour mesurer les perturbations conduites sont
donnés—al'Annexe B

8.2 Instruments et méthodes de mesure

Les perturbations conduites au niveau des différents accés doivent étre ‘miesuréegs en
appliquant les instruments, les emplacements d'essai, les procédures et lasméthode indjqués
dans|les références du Tableau 11.

Tableau 11 — Apercu des méthodes
normalisées de mesure des perturbations conduites

Interface Limites Plage de fréquences Référence

CISPR 16-1-1 (récepteur)

g;;ecrtfr?;jed alimentation | 11040 1 9 kHz & 30 MHz CISPR 16-1-2 (matériel d'appoint: AYN)
CISPR 16-2-1 (méthode de mesure)
CISPR 16-1-1 (récepteur)

Interfaces réseau cablées | Tableau 2 150 kHz a 300MHz CISPR 16-1-2 (AAN, CVP)

autres|de l'interface i

d'aliméntation électrique CISPR 16-2-1 et 8.4 (méthode de mgsure)

(pour @ communication CISPR 16-1-1 (récepteur)

ou le transfert de

donnégs, par exemple) Tableau 3 @ 150 kHz a 30 MHz CISPR 16-1-2 (sonde de courant)

CISPR 16-2-1 et 8.4 (méthode de mgsure)

Acces|cablé local — CISPR 16-1-1 (récepteur)

ipterfgce d'alimentation Tableau 1 ou 9 kHz & 30 MHz CISPR 16-1-2 (matériel d'appoint: AMN)
électrifjue des lampes Tablteau 4 .
a8 TBT CISPR 16-2-1 et A.5.1 (méthode de
mesure)
CISPR 16-1-1 (récepteur)
Tableau 5 150 kHz & 30 MHz CISPR 16-1-2 (sonde de tension)

CISPR 16-2-1 et 8.5.2.2 (méthode d¢

Accés|cablé docal — autre
mesure)

que l'imterface

d'alim¢gntation électrique 1. 5
des lakpes 2 TBT CISPR 16-1-1 (récepteur)
CISPR 16-1-2 (sonde de courant)

CISPR 16-2-1 et 8.5.2.3 (méthode de
mesure)

Tableau 6 150 kHz & 30 MHz

a8 En fonction de l'acces en essai de I'EUT et de la méthode d'essai choisie, la limite applicable est celle du
Tableau 2 et/ou du Tableau 3.

Outre les exigences données dans les normes fondamentales, les exigences suivantes
s'appliquent pour le montage de I'EUT et la procédure de mesure.

8.3 Mesurage des perturbations de l'interface d'alimentation électrique

La tension perturbatrice doit étre mesurée conformément a la méthode de la CISPR 16-2-1 au
niveau de l'interface d'alimentation électrique de I'EUT au moyen de circuits et du montage
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décrits a I'Annexe B pour le type d'appareil correspondant. Un réseau fictif d'alimentation
enV50Q /50 uH + 5 Q qui satisfait aux exigences de la CISPR 16-1-2 dans les plages de
fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz et entre 150 kHz et 30 MHz doit étre utilisé.

8.4 Mesurage des perturbations des interfaces réseau cablées autres que
I'alimentation électrique

Les perturbations de tension au niveau des interfaces réseau céablées autres que
I'alimentation électrique (pour la communication ou le transfert de données, par exemple)
doivent étre mesurées au moyen d'un réseau fictif asymétrique (AAN) conformément a la
CISPR 32. L'AAN doit étre relié au plan de masse de référence (voir Annexe B). La méthode

_ Y 4 'l 1 LloDD 40 0O 4 1 |-
de mesure—specifitedansta CISPR-16=2=tsapptique:

Les [perturbations de courant au niveau des interfaces réseau cablées auires| que
I'alimgentation électrique (pour la communication ou le transfert de données,¢par exemple)
doivent étre mesurées au moyen d'une sonde de courant (CP) conformément (a la
CISPR 16-2-1. La sonde de courant doit étre conforme a 5.1 de la CISPR 16+1-2:2014.

D'autre part, la tension combinée et les mesurages de sonde dg ,courant peuvent| étre
appliqués en utilisant les limites du Tableau 2 et du Tableau 3< et la méthode CVP/CP
combiinée décrite en C.4.1.6.4 de la CISPR 32:2015.

NOTE| Seules les perturbations de mode commun générées sont mesurées, les perturbations issues des s|gnaux
de comqmande en mode différentiel étant négligeables en pratique.

8.5 | Mesurage des perturbations de I'accés cablé docal
8.5.1 Alimentation électrique des lampes a TBT

La miéthode de mesure des perturbations conduites au niveau de l'interface d'alimentation
électrique des lampes a TBT est spécifiee en‘A.5.1.

8.5.2 Caractéristiques autres que Falimentation électrique des lampes a TBT
8.5.2{1 Généralités

Les méthodes de mesure des perturbations conduites au niveau des accés cablés Igcaux
autrep que l'interface TBT ‘d'une lampe a TBT doivent étre conformes a la CISPR 16-2-1 et
aux paragraphes ci-dessous.

8.5.2{2 Méthodede mesure de la sonde de tension

Si unle sonde‘de’tension est utilisée pour mesurer les perturbations de tension sur des acces
cablégs locauX, le circuit de mesure représenté a la Figure B.2 doit étre appliqué. Voir pussi
B.3.5]

La tension est mesurée entre chaque cordon simple du cable de I'accés cablé local et la terre.
La sonde de tension doit étre telle que définie en 5.2 de la CISPR 16-1-2:2014.

Les résultats de mesure doivent étre corrigés pour tenir compte du diviseur de tension entre
la sonde et l'appareil de mesure. Pour I'application de cette correction, seules les parties
résistives des impédances doivent étre prises en compte.

La longueur du céble coaxial reliant la sonde et le récepteur de mesure ne doit pas
dépasser 2 m.
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3 Méthode de mesure par sonde de courant

Si une sonde de courant est utilisée pour mesurer les perturbations conduites sur des acces
cablés locaux, le circuit de mesure présenté a la Figure B.2 doit étre appliqué. Voir aussi
B.3.5.

La sonde de courant doit étre conforme a 5.1 de la CISPR 16-1-2:2014.

9 Méthodes de mesure des perturbations rayonnées

9.1

SeTeTatits

Le prgsent article donne des détails relatifs aux méthodes de mesure, au montage de I'EUT et
aux grocédures associées aux mesurages des perturbations rayonnées. Il précise égalgment

des

exigences particulieres qui prévalent sur celles indiquées dans ‘-les ndrmes

fondgmentales. Les détails relatifs aux montages particuliers de I'EUT »pour mesurgr les

pertu

9.2

fbations rayonnées sont donnés a I'Annexe C.

Emetteurs sans fil intentionnels

Si dgs émetteurs sans fil intentionnels font partie intégrante_de I'EUT, leurs émissions ne

Articl
possi

émisg

NOTE

9.3
9.3.1
Les

appli
dans

doiveEt pas étre considérées comme faisant partie des-‘pérturbations rayonnées

1). Pour ce faire, la fonction sans fil de I'EUT peut étre désactivée (dans la mesu
le et si cela ne compromet pas les émissions nonyintentionnelles classiques)

Instruments et méthodes de mesuré

Généralités

les références du Tableau12.

(voir
e du

u les
ions intentionnelles rayonnées ignorées dans la bande de fréquences correspondante.

Pour les émetteurs sans fil intentionnels, I'applicabilité:des réglements nationaux/régionaux spécifiqyes est
prise gn considération.

perturbations rayonnées au_niveau des différents accés doivent étre mesurégs en
quant les instruments, les-@mplacements d'essai, les procédures et la méthode indjqués
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Tableau 12 — Apercu des méthodes normalisées
de mesure des perturbations rayonnées

2018

Méthode Limites Plage de fréquences Référence

LLAS

Tableau 8 9 kHz a 30 MHz CISPR 16-1-1 (récepteur)

CISPR 16-1-4 (instruments: antennes et emplacement
d'essai)

CISPR 16-2-3 (méthode de mesure)

Antenne- Tableau 9 9 kHz a 30 MHz CISPR 16-1-1 (récepteur)

cadre

CISPR 16-1-4 (instruments: antennes et emplacement

aessatl)

9.3.3 (méthode de mesure)

OATS[SAC | Tableau 10 | 30 MHz & 1 GHz CISPR 16-1-1 (récepteur)
CISPR 16-1-4 (instruments: antennes et emplacement
d'essai)
CISPR 16-2-3 (méthode de mesure-dé€s perturbations
rayonnées)
FAR Tableau 10 | 30 MHz & 1 GHz CISPR 16-1-1 (récepteur)
CISPR 16-1-4 (instrumepts: ‘antennes et emplacement
d'essai)
CISPR 16-2-3 (méthede de mesure)
TEM Tableau 10 | 30 MHz a 1 GHz CISPR 16-1-1 (récepteur)
IEC 61000-4%20 (méthode et instruments de mesure)
CDNE Tableau 10 | 30 MHz & 300 MHz CISPR 16-1-1 (récepteur)
CISPR/16-1-2 (instruments: dispositifs de couplage — ¢DNE)
EISPR 16-2-1 (méthode de mesure CDNE)
Outrg les exigences données dans_les normes fondamentales, les exigences suivantes
s'appliquent pour le montage de 'EUT et la procédure de mesure.
9.3.2 Mesurage des perturbations rayonnées par un LLAS entre 9 kHz et 30 MHz
9.3.2{1 Configurationyde I'EUT
Le cdmposant maghetique doit étre mesuré au moyen d'un systéme de grande antenne-gadre
(LLA®) tel que celui décrit dans la CISPR 16-1-4. L'EUT doit étre placé au centre du |LAS
(voir [Annexe £\de la CISPR 16-1-4:2010). Les exigences données dans la CISPR 16-1-4
concTrnant llacheminement des cables partant de I'EUT et de positionnement de I'EUT a
I'inténieur du-LLAS doivent étre appliquées.
Si le fabricant permet de connecier des Interiaces cablees externes a 'EUT a l'aide de cables

a un conducteur (qui peuvent générer des boucles et des dipbles magnétiques associés,
voir 5.3.4.1), I'EUT doit étre soumis a I'essai en configurant chacune de ces interfaces
externes avec un cablage a un conducteur présentant une boucle rectangulaire d'une surface
de 1 m2. La plaque de support de la Figure A.6 peut étre utilisée pour établir cette boucle
de 1 m2. Le systéme en essai, c'est-a-dire I'EUT avec ses interfaces externes montées en
une ou plusieurs boucles de 1 m2, doit étre monté de maniére a entrer dans la plus petite
sphére possible tout en satisfaisant en méme temps aux exigences suivantes:

— la distance entre I'enveloppe de I'EUT et le plan de ses interfaces montées en boucles
de 1 m2 est supérieure ou égale a 10 cm;

— la distance entre la zone de boucles de deux interfaces d'EUT adjacentes montées en
boucles de 1 m?2 est supérieure ou égale a 10 cm.
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Le centre de cette sphére la plus petite possible englobant I'EUT et ses interfaces montées
en boucles de 1 m2 doit étre placé au centre du LLAS.

9.3.2.2 Mesures dans les trois directions

Le courant induit dans le LLAS est mesuré selon le Paragraphe 7.2 de la CISPR 16-2-3:2016.
Les trois directions du champ de I'EUT peuvent étre mesurées successivement a l'aide d'un
commutateur coaxial. Les résultats de mesure pour chaque direction doivent satisfaire aux
limites.

9.3.3 Mesurage des perturbations rayonnées par une antenne-cadre entre 9 kHz
et 5U MHz

Les mesurages sont réalisés a une distance de 3 m avec une antenne-cadre ‘de §0 cm
(voir #.3.2 de la CISPR 16-1-4:2010).

Les ¢gxigences de montage et la méthode de mesure suivantes s'appliquent;

1) lelmesurage doit étre réalisé sur un OATS ou dans une SAC;

NQOTE Les exigences de validation relatives aux mesurages inférieurs a~30 MHz sont a I'étude Jpar la
CISPR/A; I''EC PAS 62825 donne quelques recommandations.

2) lalhauteur du centre de la boucle au-dessus du RGP de @ATS ou dans la SAC doif étre
de 1,3 m;

3) l'gntenne-cadre doit étre positionnée dans les deuX. positions verticales par rappgrt au
RGP, c'est-a-dire coaxiale verticale et coplanaire vétticale;

4) laldistance de mesure doit étre effectuée entrelle centre de I'antenne-cadre et la limite de
I'BUT;

5) I'BUT doit étre monté conformément a I'Article C.4;

6) I'EUT doit étre pivoté pour chaque otientation de I'antenne-cadre et la valeur maxjmale
enregistrée pour chaque orientation:doit satisfaire aux limites données dans le Tablegu 9.

9.34 Mesurage des perturbations rayonnées entre 30 MHz et 1 GHz

9.3.4/1 Méthode OATS ou-SAC

Les gxigences de montage et la méthode d'essai de la CISPR 16-2-3 s'appliquent lorsqye les
essails sont réalisés a\l'aide de la méthode rayonnée sur un OATS ou dans une SAC| Les
détails spécifiques aux’montages de I'EUT sont donnés a I'Annexe C.

Pour [améliorer\la reproductibilité, le cable d'alimentation par le réseau de I'EUT doi{ étre
termihé par.un”CDNE (voir CISPR 16-1-2) placé sur le plan de masse de référence (I¢ cas
échéant), lacces du récepteur du CDNE devant étre terminé par une impédance de 50 Q

9.3.4.2 Méthode FAR

Les exigences de montage et la méthode d'essai de la CISPR 16-2-3 s'appliquent lorsque les
essais sont réalisés a l'aide de la méthode rayonnée dans une FAR. Les détails spécifiques
aux montages de I'EUT sont donnés a I'Annexe C.

Pour améliorer la reproductibilité, le cable d'alimentation par le réseau de I'EUT doit étre
terminé par un CDNE (voir CISPR 16-1-2) placé sur le plan de masse de référence (le cas
échéant), I'accés du récepteur du CDNE devant étre terminé par une impédance de 50 Q.

9.3.4.3 Méthode TEM

Les exigences de montage et la méthode d'essai de I'|EC 61000-4-20 s'appliquent lorsque les
essais sont réalisés a l'aide de la méthode rayonnée dans une cellule TEM.
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9.3.4.4 Méthode CDNE

Les exigences de montage et la méthode d'essai de la CISPR 16-2-1 s'appliquent lorsque les
essais sont réalisés a I'aide du CDNE.

10

Conformité au présent document

Si le présent document donne des options pour évaluer les caractéristiques CEM particuliéres
avec un choix de méthodes de mesure, la conformité peut étre démontrée par rapport aux
Irmltes specmees a Iarde de la methode de mesure approprree Dans tous les cas, s 'il s'avere

docu ent la methode de mesure choisie au depart d0|t etre utlllsee afln de garantir la

cohérence des résultats.

NOTE| Si des éléments de I'équipement issus d'une série sont soumis a I'essai, une plage depésultats pelt étre
attendpe, quelle que soit l'incertitude de mesure. L'Annexe E contient des informations relatives aux méthodes

d'évaldiation statistique des équipements produits en série.

11

Incertitude de mesure

Si degs recommandations relatives au calcul de l'incertitude descinstruments de mesurel sont
spécifiées dans la CISPR 16-4-2, elles doivent étre suivies,/ et pour ces mesuraggs, la
détermination de la conformité aux limites du présent document doivent prendre en cdmpte
I'inceftitude des instruments de mesure conformément)ya la CISPR 16-4-2. Les calculs
permgttant de déterminer le résultat de mesure et toute correction du résultat de mesure
exigée lorsque l'incertitude du laboratoire d'essai‘est supérieure a la valeur de Uggpr

donnge dans la CISPR 16-4-2 doivent étre inclus.-dans le rapport d'essai.

12

Rapport d'essai

Les éxigences générales en 5.10 de lISO/IEC 17025:2005 concernant la compilation| d'un
rappgrt d'essai s'appliquent. Des® détails suffisants doivent étre fournis pour faciliter la
reproductibilité des mesuragesi-Elles doivent inclure des photographies de I'EUT |et la

configuration de mesure, le cas_échéant.

Le rapport d'essai doit inelure les informations suivantes:

lels dimensions de1EUT;

lal| méthodede perturbations de champ rayonné sous 30 MHz utilisée et les limites
associées{qui ont été appliquées (4.5.2);

lal méthode de perturbations de champ rayonné au-dessus de 30 MHz utilisée gt les
limités.associées qui ont été appliquées (4.5.3);

oLl

SI Id IIIUlIIUUU VUI‘IE Ubl ulIIIbCC PUuUl UUIIIUIILIUI Id bUIIIUIIIIII.U d 1 OTriZL, UTIT Ucbld ation
(du fabricant) que la fréquence d'horloge est inférieure a 30 MHz;

les interfaces cablées qui ont été évaluées avec l'accés attribué, la méthode utilisée et les
limites associées (5.3);

en cas de mesures de module, la description et le montage de I'h6te et des modules
utilisés pendant les mesurages (voir 6.4);

la correction du résultat d'essai exigée lorsque l'incertitude du laboratoire d'essai est
supérieure a la valeur de Ui gpgr donnée dans la CISPR 16-4-2;

les écarts par rapport aux exigences de longueur de cable, si des longueurs de cables en
contradiction avec d'autres exigences de longueur de céble ou dimensions dans le
montage d'essai (B.2.1).
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Figure 5 — Exemple d'un systéme héte avec différents types de modules
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Annexe A
(normative)

Notes d'application spécifiques a un produit faisant référence a des
montages de mesure ou des conditions de fonctionnement particuliers

A.1 Lampes a ballast intégré a culot unique

A.1.1 Montage pour les mesures de perturbations conduites

Le circuit de mesure de la tension perturbatrice d'une lampe a culot unique est présentela ala
Figure B.1c.

La lampe est munie d'une douille adéquate et est montée dans un support -de réféfence
conique (voir Figure A.2). Le support conique est placé sur la table a 40 cm¢du plan de masse
de référence (voir Figure B.1, Figure A.3 et Figure A.4). Les lampes a.ballast intégré|avec
culot|a baionnette GU10 (IEC 60061-1) doivent étre placées dans un type’de fixation a dollier
de se¢rrage conducteur en contact avec la circonférence du supporf (conductrice oy non
conduictrice) de la lampe GU10 a proximité du bord (voir Figure A/5): La largeur du collier de
serrapge doit étre de (9 £ 1) mm. La fixation a collier de serragedoit étre reliée a la borne de
terre |[de I'AMN. Le collier de serrage conducteur, associé a une douille adéquate, fait office de
luminfaire de référence pour les lampes GU10.

Le c3ble d'alimentation qui relie les bornes du support’conique ou du collier de serrage |de la
lampe GU10 a I'AMN doit mesurer 0,8 m. Le support métallique conique ou le colligr de
serrapge de la lampe GU10 doit étre relié a la borné-de terre de I'AMN.

Les lampes a ballast intégré a culot unique~dont la forme particuliére n'est pas adaptge au
support conique doivent étre mesurées a“l'aide d'un support de référence (luminaife de
référgnce) qui satisfait aux exigences d'un systéme hote (voir 6.4.1).

A.1.2 Montage pour les mesures des perturbations rayonnées

La lampe a culot unique doitétre mesurée lorsqu'elle est insérée dans une douille adéqupte.

A.2 | Semi-luminaires

Les semi-luminaires doivent étre mesurés avec une lampe adaptée ayant la puisgance
maximale autorisée. La combinaison du semi-luminaire (EUT) et de la lampe (AuUxEQq)
consfitue le-systéme en essai; cette combinaison doit étre soumise a I'essai commeg une
lampé¢ a_culot unique (voir Article A.1).

A.3 Cordons lumineux

A.3.1 Préparation de I'EUT

Les cordons lumineux (pas le cordon d'alimentation, le cas échéant) doivent étre repliés sur la
plaque de support isolant comme décrit a la Figure A.6. La plaque de support se compose
d'une plaque isolante carrée de dimensions (1250 x 1250) mm et de deux rangées
de 24 supports isolants circulaires positionnés comme indiqué a la Figure A.6. Le point de
départ (connexion au secteur) du cordon se situe au milieu entre les deux rangées sur le c6té
gauche de la plaque. Si le cordon lumineux (a I'exclusion du cordon d'alimentation) mesure
moins de 1,2 m, aucune sinuosité n'est nécessaire sur la plague de support et le cordon
lumineux doit étre traité comme un luminaire.
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A.3.2 Montage pour les mesures de perturbations conduites

Le support isolant (AuxEq) avec les cordons lumineux (EUT) doit étre considéré comme un
luminaire et doit étre monté de la maniére spécifiée a I'Article B.5.

A.3.3 Montage pour les mesures des perturbations rayonnées

Le support isolant (AuxEq) avec les cordons lumineux (EUT) doit étre considéré comme un
luminaire et doit étre monté de la maniéere spécifiée en C.4.2.

A.4
culots, semi-luminaires a deux culots et lampes de mise a niveau a depx
culots utilisés dans les luminaires a lampe a fluorescence

A4.1 Pour les applications dans les luminaires linéaires dotés d'un appareillag
électromagnétique

Les 3gdaptateurs de lampe a deux culots, les lampes a ballast intégré et a deux culots, les
semi{luminaires a deux culots et les lampes de mise a niveau a, deux culots doiven{ étre
meSL1rés avec le matériel auxiliaire spécifié a la Figure A.1. L'EUT est inséré dans un
luminfaire de référence linéaire comme indiqué a la Figure A«1. L'appareillage de lampe
magriétique existant est en court-circuit si cela est spécifié-par le fabricant dans le manuel
d'utilisation. La hauteur des douilles doit étre telle que la¥distance entre l'extérieur fde la
lampe et la plaque métallique soit de (9 + 1) mm pour les\lampes présentant un diamétre de
tube |nominal inférieur ou égal a 25 mm, et de (20 £4)'mm pour les lampes présentant un
diametre de tube nominal supérieur a 25 mm.

Les Unités soumises a l'essai (EUT) doivent éifé mesurées selon leur fabrication. Pour les
adaptateurs de lampe a deux culots et les“semi-luminaires a deux culots, des lampes
adaptées présentant la puissance maximalésadmissible doivent étre utilisées.

Si I'dtilisation d'un appareillage magnetique est exigée par le fabricant dans le manuel
d'utilisation, il doit satisfaire a I'lEC" 60921 et la capacité parasite entre la ligne et la terrg¢ doit
étre ipférieure a 2 nF, mesurée-a-un niveau inférieur ou égal a 1 kHz. L'appareillage de lampe
magnétique du montage de~mesure de la Figure A.1 doit étre mis en court-circuit sj son
utilisation n'est pas exigée.paf le fabricant. Pour les émissions conduites, le cable reliapt les
borngs du luminaire de référence a I'AMN doit satisfaire aux exigences de B.2.1. La bornpe de
terre |[du luminaire de réféfence doit étre reliée a la borne de terre de I'AMN.

A.4.2 Pour les{applications dans les luminaires linéaires dotés d'un appareillage
électronique

Pour [les applications d'adaptateurs de lampe a deux culots, de lampes a ballast intégré et a
deux|culots, de semi-luminaires a deux culots et de lampes de mise a niveau a deux gulots
utilisés=dansles luminaires munis d'un appareillage électronigue—en fonctionnemen les

. . ~ 7 I T T .U . ~ 1 . . . ’
exigences doivent étre vérifiées en utilisant un luminaire héte classique ou un luminaire de
référence CISPR TR 30-1 conforme au présent document.

A.4.3 Pour les applications dans d'autres luminaires que les luminaires linéaires

Les lampes a ballast intégré a deux culots dont la forme particuliere (en U, par exemple) n'est
pas adaptée au luminaire de référence de la Figure A.1 doivent étre mesurées a l'aide d'un
support de référence qui satisfait aux exigences d'un systéme hote (voir 6.4.1).

A.4.4 Méthodes de mesure

L'EUT du luminaire de référence (AuxEq) est soumis a l'essai comme un luminaire. Le
systéme en essai, y compris I'EUT, tel que représenté dans la Figure A.1, doit étre utilisé tant
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mesurer les tensions perturbatrices décrites a [I'Article 8 que pour mesurer les
perturbations électromagnétiques rayonnées décrites a I'Article 9.

Lampes a TBT

Essai de perturbations conduites

Les lampes a TBT doivent étre soumises a |'essai comme suit:

a) Lampes a TBT non restreinte: Les bornes a trés basse tension de la lampe a TBT doivent

é

re relices a I'AMN. le coté d'entrée du réseau de I'AMN est relié 3 la sortie

d'un

tr

b) Lampes a TBT restreinte: La lampe a TBT doit étre reliée a l'alimentation(du n
odéle/type que spécifié par le manuel d'utilisation du fabricant. La combinaison doit étre

m
m

Dans

tress
CISP

A.5.2

Les

meSLirées selon l'Article 9. Cependant, la lampe ne dgit*pas étre montée sur un su

méta

Pour
s'app|
e p
e p

éfre évaluées.

A.6

Les
L'am

isolant de (12 + 2)ymm d'épaisseur, qui doit étre placée sur une plaque meétalliqu

dime
reliég
terre,
démg

ansformateur magnétique adapté. Voir Figure A.3.

esurée a l'aide du montage présenté a la Figure A.4.
les deux cas, la lampe a TBT est montée comme indiqué en A.1.1. Bans tous les ¢

b de métallisation de [I'AMN doit satisfaire aux exigences de 5.3 d
R 16-2-1:2014.

Essai de perturbations rayonnées

berturbations rayonnées d'une lampe a TBT (s'il y._a lieu; voir 6.4.7) doivent

lique conique.

toute méthode d'évaluation des perturbations rayonnées, les principes sui
liquent:

bur les lampes a TBT non restreinte, seule la lampe doit étre évaluée;

pur les lampes a TBT restreinte, la-lampe et la source d'alimentation spécifique dg

Amorceurs indépendants

amorceurs indépendants sont mesurés dans un circuit lampe-ballast appr
prceur doit étre monté avec la lampe ou le ballast approprié sur une piéce en matf

nsions légeremeént plus grandes que la piéce en matériau isolant. La plaque doi

celle-cindoit également étre reliée a la terre de référence. La lampe est er
rrée.fAprés une durée de stabilisation, la tension aux bornes est mesurée.

néme

Bs, la
e la

étre

pport

vants

ivent

bprié.
ériau
e de

étre

a la terre\de référence de I'AMN. Si le dispositif ou le ballast est muni d'une borfe de

suite



https://standardsiso.com/api/?name=35d24fbee616a3315a417347a006c2d1

CISPR 15:2018 © IEC 2018

- 123 -

Dimensions en millimétres

[~~~ Matériau isolant

lL— Plaque en métal

E Douille
EUT
D | |
\\ Vis de fixation du réflecteur
e (au moins 4 vis)
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'z \
=== rr11 " " 1" \ :

- = Réflecteuramovible
[ — : (aluminium non gainé)
—H—
(o =
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le fabricant, ou court-circuit
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IEC

Figure A.1 — Luminaire de référence pour les adaptateurs de lampe a deux culots, les
lampes a ballast intégré et a deux culots, les semi-luminaires a deux culots et les
lampes de mise a niveau a deux culots utilisées dans les luminaires a lampe a

fluorescence linéaire (voir A.4.1)
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Dimensions en centimetres

Vis a serrage a
main qui fixe la
position du tube a
I'intérieur du céne

Dimension
minimale 20

Connexion au PE
- de 'AMN

4,3

8,5

Liaison

o équipotentielle

\ A

3 entretoises carrées (1,0 cm x 1,0 cm
de section transversale) de matériau
isolant électrique réparties sur la
circonférence du support conique
métallique perforé a 3 x 120° = 360°
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